Kupna zmluva €. ZM1/2021-28

uzatvorena v zmysle § 409 zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni

Zmluvné strany:

Kupujuci:

Sidlo:

Pravna forma:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT kéd:

(dalej ako ,,Kupujtci®)
a

Predavajuci:

Sidlo:

Pravna forma:
Oznacenie registra:

Statutarny orgdn:
v zastupeni:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT/BIC:

(dalej ako ,,Preddavajuci®)

(dalej ako ,,Zmluva“)

Slovenska akadémia vied

Stefanikova 49, 814 38 Bratislava

rozpoctova organizacia

prof. RNDr. Pavol Sajgalik, DrSc., predseda SAV
00037 869

2020844914

SPSRSKBA

PRAGOLAB s.r.o.

Driefiova 34, 821 02 Bratislava

spolocnost s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, Odd: s.r.o.,

vlozka ¢islo 5279/B

Ing. Ladislav Naméstek, konatel

RNDr. Mariana Dankova, PhD., prokuristka opravnena konat
samostatne

31352839

SK2020325142

SUBASKBX

(dalej spolu Kupujuci a Predavajlci aj ako ,, Zmluvné strany”)



Preambula

Tato Zmluva je vysledkom zaddvania zakazky s ndzvom ,,Pristrojové vybavenie pre vyskumné centrum
pre vyuZitie pokrocilych materialov SAV“ - 2. €ast Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu
materialov”, ktoré bolo uskuto¢nené v sulade s ustanovenim § 66 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon
o verejnom obstaravani).

Zmluvné strany berd na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuju, Ze su plne obozndmené so
skuto¢nostou, Ze predmet tejto Zmluvy je poskytovany v suvislosti s implementaciou operaéného
programu Integrovand infrastruktira programové obdobie 2014 — 2020.
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Clanok I.
Predmet zmluvy

Preddvajuci sa touto Zmluvou a za podmienok v nej dohodnutych zavazuje pre Kupujuceho
dodat laboratérne pristroje a zariadenia a aktualizovat (upgrade) existujice laboratérne
pristroje a zariadenia v stlade s dokumentmi podla Clanku IV. tejto Zmluvy a Clanku V. tejto
Zmluvy vratane ich dokumentacie (dalej spolu ako ,,Pristrojové vybavenie“ alebo ,,Pristroje”
alebo ,,Pristroj“).

Predavajuci sa zaroven touto Zmluvou zavizuje pre Kupujiceho vykonat, resp. zabezpecit

nasledovné Cinnosti suvisiace s dodanim Pristrojov:

(a) dopravu Pristrojov podla bodu 1.1 tohto Clanku do miesta dodania podla Clanku Ill. tejto
Zmluvy,

(b) instalaciu Pristrojov podla bodu 1.1 tohto Clanku a Clankov V. a VI. tejto Zmluvy, ak je tato
inStalacia v zmysle predpisov vyrobcu jednotlivych Pristrojov potrebna,

(c) overenie funkénosti jednotlivych Pristrojov podia bodu 1.1 tohto Clanku a Clanku VI. tejto
Zmluvy (dalej ako ,,Overenie funkcnosti Pristroja“),

(d) zagkolenie persondlu Kupujiceho podla Clanku XIX. tejto Zmluvy,

(e) zarudny servis pocas zaruénej doby podla Clanku XI. tejto Zmluvy.

Dodévka Pristrojového vybavenia podla bodu 1.1 tohto Clanku avykon &innosti stvisiacich
s dodanim Pristrojového vybavenia podla bodu 1.2 tohto Clanku tvoria spolu predmet plnenia
tejto Zmluvy (dalej ako ,Predmet plnenia“).

Predmet plnenia bude v sulade stouto Zmluvou splneny riadnym avcéasnym vyhotovenim
a odovzdanim Pristrojového vybavenia podla bodu 1.1 tohto Cldnku a vykonanim &innosti
stvisiacich s dodanim Pristrojového vybavenia podla bodu 1.2 tohto Clanku.

Vsetky dodavky a cinnosti vyslovne neuvedené vtejto Zmluve ajej Prilohdch, ktoré su
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu, dokonceniu, odovzdaniu ¢i poskytnutiu Predmetu plnenia
alebo jeho Casti a ktoré mohol Predavajuci pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predvidat, sa
povaZzuju za sucast Predmetu plnenia a odplata za tieto dodavky a ¢innosti je suc¢astou ceny za
Predmet plnenia podla tohto Clanku.

Predavajuci vyhlasuje, Ze sa v celom rozsahu obozndmil srozsahom apovahou Predmetu
plnenia, Ze su mu zndme vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie Predmetu
plnenia a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si nevyhnutné na
realizdciu Predmetu plnenia. Predavajuci taktiez vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi
dokumentmi poskytnutymi Kupujicim v procese verejného obstaravania v suvislosti
s Predmetom plnenia a neidentifikoval v nich Ziadne vady i nezrovnalosti.
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Clanok I1.
Komunikacia

Ak nestanovia ostatné ustanovenia tejto Zmluvy inak, musi byt akékolvek ozndmenie, sprava,

vyzva, ziadost a ind informacia podla tejto Zmluvy (dalej ako ,,0znamenie”) vykonana pisomne

a dorucena osobne, doporucenou postou alebo kuriérskou sluzbou na adresu prislusnej

Zmluvnej strany, uvedenl v bodoch 2.2 a 2.3 tohto Clanku. Pokial nie je upravené v ostatnych

ustanoveniach tejto Zmluvy inak, plati, Ze:

(a) Ozndmenia zaslané doporucenou postou alebo kuriérskou sluzbou sa povazuju za dorucené
tretim pracovnym driom od podania zdsielky u postového dorucovatela, resp. kuriérskej
sluzby,

(b) Oznadmenia zaslané osobne sa povaZzuju za dorucené dnom ich odovzdania druhej Zmluvnej
strane alebo driom, kedy pri odovzdavani takychto Oznameni bolo ich prevzatie druhou
Zmluvnou stranou bezdévodne odmietnuté.

Oznamenie urcené pre Kupujiceho musi byt zaslané na nasledujicu adresu:

Slovenska akadémia vied
Stefanikova 49
814 38 Bratislava

Kontaktna osoba Kupujuceho: Ing. Veronika Pucikova, odborny referent, tel: +421 2 57 510 115,
email: pucikova@up.upsav.sk

Oznamenie urcené pre Predavajuceho musi byt zaslané na nasledujicu adresu:

PRAGOLAB s.r.o.

Driefiova 34

821 02 Bratislava

Kontaktna osoba Predavajuceho: RNDr Mariana Dankovd, PhD., prokuristka opravnena konat
samostatne, tel: +421 903 459 596, email: dankova@pragolab.sk, bratislava@pragolab.sk

Zmluvné strany sa zavazuju pisomne a bezodkladne oznamit druhej Zmluvnej strane zmenu
svojej adresy pre prijem takychto Oznameni.

Bezna komunikacia medzi Zmluvnymi stranami moze byt vybavena emailom. Zmluvné strany si
na zaklade vzdjomnej dohody urcia osoby a obsah beznej komunikacie, ktord bude moziné
vybavovat emailom. Pokial sa Zmluvné strany na tom nedohodnu, plati, Ze akdkolvek
komunikacia sa bude vybavovat podla bodov 2.1 a7 2.4 tohto Clanku.

Clanok 1.
Miesto dodania

Miesto dodania Predmetu plnenia je podla Prilohy €. 5 k tejto Zmluve (dalej ako ,,Miesto dodania“).

Clanok IV.
Sucasti Zmluvy

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Priloha €. 1: Opis predmetu zdkazky sutaznych podkladov (Kapitola B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov),

Priloha €. 2: Ponuka Predavajuceho,

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov Predavajuceho,

Priloha €. 4: Zoznam Pristrojového vybavenia, na ktoré bude poskytnuty preddavok,

Priloha €. 5: Miesto dodania Predmetu plnenia.



5.1

5.2

53

54

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

Clanok V.
Pristrojové vybavenie

Dodanie Pristrojového vybavenia zahfiia instalaciu Pristrojového vybavenia v zmysle predpisov
vyrobcov jednotlivych Pristrojov.

Predavajuci je povinny dodat také Pristrojové vybavenie, ktoré zodpovedda uUrovni stéasnych
znalosti, spifia parametre v stlade s dokumentmi podla Clanku IV. tejto Zmluvy.

Preddvajuci zodpovedd za sulad Pristrojového vybavenia s prisluSnymi pravnymi predpismi
a touto Zmluvou.

Ak Predavajuci nedodd niektoré Pristroje v sulade s touto Zmluvou a jej Prilohami, povaZuje sa
to za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Kupujuci je opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Toto
neplati, ak nastane niektora z nasledovnych situacii:

(a) Predavajuci preukaze, Ze Pristroj, ktory navrhol vo svojej ponuke sa medzicasom prestal
vyrabat a Predavajuci ho nahradi rovnako vykonnym alebo vykonnejsim Pristrojom bez
dopadu na zmluvnud cenu a Kupujlci s nahradenim suhlasi,

(b) Predavajuci a Kupujuci sa dohodli na nahradeni Pristroja inym rovnako vykonnym alebo
vykonnejsim Pristrojom bez dopadu na zmluvnu cenu.

Clanok V1.
Instaldcia Pristrojov a overenie funkénosti

Predavajuci je povinny zabezpedit instalaciu Pristrojového vybavenia v sulade s touto Zmluvou
a v terminoch predvidanych Harmonogramom podla bodu 8.3 Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Pokial sa v zmysle dokumentacie k pristroju vydanej vyrobcom Pristroja vyzaduje instalacia
Pristroja vylu¢ne odborne spdsobilym pracovnikom, je Predavajuci povinny vykonat instalaciu
v Mieste dodania takymto sp6sobom.

Preddvajuci vykond na svoje naklady overenie funkcnosti jednotlivych Pristrojov pred ich
uvedenim do prevddzky v Mieste dodania. O termine overenia funkénosti bude Preddavajuci
informovat Kupujuceho najmenej 5 (pat) pracovnych dni vopred.

Kupujlci je opravneny zucastnit sa overenia funkénosti jednotlivych Pristrojov podla bodu 6.3
tohto Clanku v termine ozndmenom Preddvajucim. Pokial sa Kupujuci nezdéastni overenia, moze
ho Predavajuci vykonat bez pritomnosti Kupujiceho, pricom vysledky mu odovzda bez
zbytocného odkladu.

O vykonanom overeni bude vyhotoveny protokol/sprava obsahujlci/a aspori nasledovné udaje:

(a) oznacenie Pristroja,

(b) funkénost Pristroja,

(c) kontrolované parametre, prijatefné hodnoty kontroly a kvantitativne poZiadavky kontroly,
ak su tieto definované vyrobcom.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie Pristrojov

Predmetom odovzdania a prevzatia budu Pristroje po jednotlivych Pristrojoch, resp. viacerych
Pristrojoch, resp. funkénych systémoch.

Pristroj bude prevzaty Kupujicim, ak je dodany a instalovany v sulade s touto Zmluvou, bolo
vykonané Uspesne overenie funkénosti Pristroja a bol podpisany Protokol o prevzati pristroja.
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Predavajuci je povinny aspon .5 (pat) pracovnych dni vopred informovat Kupujiceho o tom, Ze
Pristroj bude pripraveny na odovzdanie, a o termine preberacieho konania. Pokial najneskor
nasledujici pracovny den Kupujici z délezitych dévodov nenavrhne iny vhodny termin
preberacieho konania, plati, Ze preberacie konanie sa uskutoc¢ni v defi uréeny Preddvajucim.

Uc¢elom preberacieho konania ohfadom Pristroja je vykonanie obhliadky Pristroja a kontrola, ¢i
bol dodany a instalovany v sulade s touto Zmluvou.

K preberaciemu konaniu ohladom Pristroja je Preddvajuci povinny pripravit a odovzdat aspon

pat (5) pracovnych dni vopred nasledujuice doklady:

(a) osvedcenia o akosti Pristroja, certifikaty, potvrdenia o zhode a iné potvrdenia a dokumenty
vyzadované legislativou SR alebo EU,

(b) protokol/sprava o vykonani overenia funkcnosti,

(c) zarucné listy, ndvody na prevadzku, obsluhu a udrzbu.

Kupuijuci nie je opravneny odmietnut prevzatie Pristroja, pokial bolo vykonané Gspesne overenie
funkénosti a Pristroj nema vady a nedorobky. Neuplnost dokladov Pristroja je dovodom na
odmietnutie prevzatia Pristroja.

V pripade, Ze k prevzatiu Pristroja nebrani Ziadna okolnost uvedend v bode 7.6 tohto Clanku,
spisSu Zmluvné strany o vysledku preberacieho konania Protokol o prevzati pristroja, ktory bude
obsahovat najmé nasledovné udaje:

(a) popis preberaného Pristroja,

(b) den, ku ktorému doslo k jeho prevzatiu.

Pokial Kupujuci odmietne prevziat Pristroj a podpisat Protokol o prevzati pristroja bez
primeraného dovodu, bude sa Pristroj povazovat za prevzaty ku driu preberacieho konania.

V pripade, 7e k prevzatiu Pristroja brani okolnost uvedend v bode 7.6 tohto Clanku, spiu
Zmluvné strany zaznam z preberacieho konania, ktory bude obsahovat najmé nasledovné udaje:
(a) potvrdenie o tom, Ze k prevzatiu Pristroja nedoslo,

(b) dovody neprevzatia Pristroja s popisom vad,

(c) lehoty na odstranenie vad (ak boli dohodnuté).

Po odstraneni vad Pristroja spisanych v zazname podla bodu 7.9 tohto Clanku sa preberacie
konanie zopakuje, pricom na opakované preberacie konanie sa pouZiju ustanovenia
o preberacom konani.

Kupujuci nesmie uZivat Pristroj predtym, nez déjde k spisaniu Protokolu o prevzati pristroja.

Clanok VIII.
Lehoty plnenia

Predévajlci sa zavazuje dodat Predmet plnenia v lehote najneskér do dvadsatstyri (24) mesiacov
odo dia ucinnosti tejto Zmluvy.

Lehota na dodanie Predmetu plnenia podla bodu 8.1 tohto Cldnku neplynie, ak pretrvava
niektory z nasledovnych dévodov:

(a) Vyssia moc,

(b) omeskanie Kupujuceho s poskytnutim sucinnosti podla tejto Zmluvy.

Predavajuci je povinny vyhotovit a v lehote dvadsat (20) dni odo diia ucinnosti tejto Zmluvy
predloZit Kupujucemu na odsuhlasenie harmonogram, ktory bude v sulade s touto Zmluvou
a bude obsahovat ¢iastkové terminy minimalne v tomto rozsahu:

(a) terminy dodania a inStaldcie jednotlivych Pristrojov,
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(b) terminy na vystavenie preddavkovych faktur na vybrané Pristrojové vybavenie podla
Prilohy €. 4 k tejto Zmluve.
(dalej ako ,,Harmonogram®).

Harmonogram je uréeny pre sledovanie postupu dodavok Pristrojov. Ciastkové terminy
v Harmonograme vs$ak nie su pre Predavajuceho zavazné. Preddvajlci sa zavadzuje pravidelne
aktualizovat Harmonogram a predkladat ho Kupujicemu na odsuhlasenie tak, aby bol koneény
termin dodania Predmetu plnenia podla bodu 8.1 tohto Clanku dodrzany.

Predavajuci je povinny bez zbytoéného odkladu informovat Kupujiceho o vyskyte skuto¢nosti
podla bodu 8.2 tohto Clanku, ktora mu brani v plneni povinnosti podla tejto Zmluvy, o dizke jej
predpokladaného trvania a o povinnostiach, ktorych plnenie nie je alebo nebude mozné, ako aj
o zaniku takej skutoénosti. Po¢as doby trvania prekazky podla bodu 8.2 tohto Clanku neplynie
lehota na dodanie Predmetu plnenia podla bodu 8.1 tohto Clanku. Vzhladom na skuto&nost, 7e
termin dodania Predmetu plnenia podla bodu 8.1 tohto Clénku je pre Kupujluceho klicovy
a rozhodujuci, Zmluvné strany su pri vzniku dévodov na prerusenie plynutia lehoty plnenia
povinné vyvinut maximalne rozumné Usilie na prekonanie prekazok a minimalizovanie moznych
¢asovych omeskani s dodanim Predmetu plnenia.

Clanok IX.
Zmluvna cena

Za dodanie Predmetu plnenia ma Predavajuci pravo na zaplatenie zmluvnej ceny

v celkovej sume 6 591 739,20 EUR s DPH (slovom Sest milidonov

patstodevitdesiatjedentisicsedemstotridsatdevat EUR dvadsat centov) z toho

(@) cena bez DPH v sume 5493116,00 EUR (slovom pat  milidnov
Styristodevatdesiattritisicstosestnast EUR)

(b) % DPH v sume 1098 623,20 EUR (slovom jeden milion
devitdesiatosemtisicSeststodvadsattri EUR dvadsat centov).

Preddvajuci bude fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zmluvna cena bola stanovena na zaklade Ponuky Predavajlceho.

Zmluvna cena zahrna vSetky naklady Preddvajuceho v suvislosti s Predmetom plnenia podla tejto
Zmluvy.

Pre vylucenie buducich moznych sporov Zmluvné strany berid na vedomie, Ze ¢innosti a naklady
na ich vynaloZenie, ktoré v zmysle Ponuky Predavajuceho nie st stcastou Zmluvnej ceny, budu
realizované nad rdmec Zmluvnej ceny, pricom vyska odmeny za ich realizaciu bude predmetom
osobitnej dohody Zmluvnych stran, resp. dodatku k tejto Zmluve.

K zmene zmluvnej ceny moze dojst najma v pripade zmeny sadzby DPH, cla a inych
administrativnych opatreni Statu, a to len na zaklade dodatku k tejto Zmluve.

Clanok X.
Platobné podmienky

Zmluvna cena je splatnd postupnymi platbami, pricom Preddvajucemu vznikd pravo na

vystavenie faktury takto:

(a) preddavkové faktury na vybrané Pristrojové vybavenie podla Prilohy €. 4 k tejto Zmluve vo
vyske 60 % z ponukovej ceny s DPH jednotlivych Pristrojov: podla terminov predvidanych
Harmonogramom podla bodu 8.3 Clanku VIII. Tejto Zmluvy,
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(b) zuctovacie faktury na vybrané Pristrojové vybavenie podla Prilohy €. 4 k tejto Zmluve, na
ktoré bude poskytnuty preddavok podla bodu 10.1 (a) tohto Clanku: na zaklade dodania
a prevzatia vybraného Pristrojového vybavenia zo strany Kupujuceho v sulade s touto
Zmluvou,

(c) faktury na cenu za dodanie ainstalaciu Pristrojového vybavenia, okrem Pristrojového
vybavenia, na ktoré bude poskytnuty Predavajucemu preddavok podla bodu 10.1 (a) tohto
Clanku: na zaklade dodania a prevzatia Pristrojového vybavenia zo strany Kupujiceho
v sulade s touto Zmluvou.

Vsetky opravnené platby budu vykonané v mene Euro (EUR).

Predavajuci (platitel DPH) vystavi Kupujicemu fakttru v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov na vybrané Pristrojové vybavenie podla Prilohy
¢. 4 k tejto Zmluve, na ktoré bude poskytnuty preddavok podla bodu 10.1 (a) tohto Clanku, do
patnastich (15) kalendarnych dni odo dna prijatia preddavku alebo do konca kalendarneho
mesiaca, v ktorom bol preddavok prijaty.

Zuctovacie faktury na vybrané Pristrojové vybavenie podla Prilohy €. 4 k tejto Zmluve, na ktoré
bude poskytnuty preddavok podla bodu 10.1 (a) tohto Clanku, budu vystavené Zhotovitelom do
patnastich (15) kalendarnych dni odo dna protokolarneho prevzatia Pristrojového vybavenia na
zaklade prisluénych Protokolov o prevzati pristrojového vybavenia podla Clanku VII. tejto
Zmluvy, najneskér do dvanastich (12) mesiacov od poskytnutia preddavku Zhotovitelovi;
prilohou faktiry bude Protokol o prevzati pristrojového vybavenia podia Clanku VII. tejto
Zmluvy.

Ciastkové faktlry za Pristrojové vybavenie, okrem Pristrojového vybavenia, na ktoré bude
poskytnuty Zhotovitelovi preddavok podla bodu 10.1 (a) tohto Clanku, budd vystavené
Zhotovitefom do patnastich (15) kalendarnych dni odo dnfa protokoldrneho prevzatia
Pristrojového vybavenia na zaklade prisluSnych Protokolov o prevzati pristrojového vybavenia
podla Clanku VII. tejto Zmluvy; prilohou fakttry bude Protokol o prevzati pristrojového
vybavenia podla Clanku VII. tejto Zmluvy.

Minimalne obsahové nalezitosti faktury:

(a) ndzov projektu: Vybudovanie Centra pre wvyuZitie pokrocilych materidlov Slovenskej
akadémie vied,

(b) kod ITMS2014+: 3130217081,

(c) cislo faktury,

(d) obchodné meno a sidlo Kupujuceho,

(e) obchodné meno a sidlo Predavajuceho,

(f) datum, ked bol tovar dodany, alebo datum, ked' bola platba prijata, ak tento datum mozno
urcit a ak sa odlisuje od datumu vyhotovenia faktury,

g) datum vyhotovenia faktury,

h) lehota splatnosti faktury,

i) Ccislo a ndzov tejto Zmluvy (oznacenie Casti tejto Zmluvy),

j)  mnozstvo a druh dodaného tovaru,

k) ndazov a adresa banky Preddvajlceho,

[) Cislo uctu Predavajuceho v tvare IBAN,

m) suma pozadovana na platbu v EUR zaokrdhlena na dve desatinné miesta,

n) néleZitosti pre Ucely DPH (sadzba DPH, DIC a kurz NBS pre prepocet inej meny na EUR),

(o) podpis zodpovednej osoby za Preddvajuceho.

—~ e~~~ e~~~ o~

V pripade, Ze Predavajlcim vystavena faktura neobsahuje uréené ndlezitosti, alebo vykazuje iné
vady, je Kupujuci opravneny v lehote piatich (5) pracovnych dni vratit faktdru na prepracovanie.



10.8

10.9

Sucasne s vratenim faktury oznami Kupujuci Predavajucemu dévody vratenia. Opravnenym
vratenim faktlary prestdva plynut povodna lehota splatnosti faktiry. Nova lehota splatnosti
zacina plynut az diom dorucenia riadnej faktury.

Vsetky faktury Predavajuceho na zmluvni cenu alebo jej ¢ast budu splatné v lehote tridsat (30)
dni odo dna ich dorucenia Kupujucemu. Uvedené sa netyka faktury podla bodu 10.1 (a) tohto
Clanku.

Platby zmluvnej ceny alebo jej Casti budld vykonané formou bankového prevodu na ucet
Preddvajuceho uvedeny vo fakture.

10.10 V pripade omeskania Kupujliceho s platenim zmluvnej ceny alebo jej ¢asti o viac ako tridsat (30)

dni ma Predavajuci pravo pozastavit plnenie Zmluvy az do momentu riadneho zaplatenia dlznej
sumy.

10.11 V pripade, Ze Predavajuci nedodd Pristroj, na ktory mu Kupujuci poskytol preddavok, v sulade

111

11.2
11.3
114

11.5

11.6

11.7

stouto Zmluvou a/alebo nebude Predéavajucim zGétovany vsulade stouto Zmluvou, je
Predavajuci povinny bez zbytocného odkladu vratit preddavok v celej vyske na Gcéet Kupujiceho.
Ostatné naroky Kupujuceho plynuce zo zodpovednosti za Skodu tymto nie su dotknuté.

Clanok XI.
Zaruka za Pristroje

Predavajuci poskytuje Kupujucemu zaruku za to, Ze Pristroje budi mat vlastnosti stanovené
touto Zmluvou, platnymi pravnymi predpismi, budd v prevadzkyschopnom stave v sulade
s Ucelom, na ktory su urcené, a budu bez akychkolvek technickych a pravnych vad.

Predavajuci poskytuje Kupujicemu zaruku za Pristroje v trvani dvadsatstyri (24) mesiacov.
Zarucna doba na Pristroj zacina plynut driom spisania prislusného Protokolu o prevzati pristroja.

Za vady zistené v zarucnej dobe Predavajuci nezodpovedd, ak preukaze, Ze vada vznikla
v dosledku toho, Ze Pristroj nebol prevadzkovany Kupujicim v sulade s poZiadavkami navodov
na prevadzku, obsluhu a udrzbu.

Oznamenie vady (reklamacie) vratane popisu, ako sa vada prejavuje alebo prejavila, je Kupujuci
povinny zaslat Predavajicemu pisomne doporucenym listom bez zbytoéného odkladu potom,
¢o vadu zistil. Kupujuci umozni Predavajucemu na jeho Ziadost potrebny pristup k Pristroju za
ucelom preverenia priciny vady.

Ak vyjde pocas zarucnej doby najavo, Ze Pristroj vykazuje vady, ma Kupujuci narok:

(a) pozadovat odstranenie reklamovanej vady bezplatnou opravou; Predavajuci je povinny tak
spravit neodkladne, najneskér viak v lehote dohodnutej s Kupujicim s ohfadom na povahu
vady,

(b) v pripade neopravitelnych vad pozadovat odstranenie vady bezplatnym dodanim nového
Pristroja alebo novej Casti Pristroja; Predavajuci je povinny tak spravit neodkladne,
najneskoér vsak v lehote dohodnutej s Kupujucim s ohladom na povahu vady.

Volbu medzi narokmi uvedenymi v bode 11.6 tohto Clanku ozndmi Kupujuci Preddvajicemu
v oznameni o reklamdcii alebo bez zbytocného odkladu po tomto oznameni. Raz vykonanu volbu
naroku uz nie je mozné bez pisomného suhlasu Predavajuceho menit. Ak sa vSak ukaze, Ze vady
su neopravitelné alebo Ze s ich opravou by boli spojené neprimerané naklady, méze Kupujuci
pozadovat dodanie nahradnej Casti, ak o to Predavajuceho poZziada bez zbytoéného odkladu po
tom, ¢o mu Predavajuci oznamil tato skutoénost.



11.8

11.9

Ak neodstrani Predavajuci vady v dohodnutej lehote, alebo v pripade, ak nedoslo k dohode
ohlfadom lehoty na odstranenie vady v lehote tridsiatich (30) dni po doruceni ozndmenia vady
zo strany Kupujuceho, alebo ak Predavajuci oznami pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, moze
Kupujuci po predchadzajicom vyrozumeni Preddvajiceho vadu odstranit sam alebo ju nechat
odstranit, a to na naklady Predavajlceho. Predavajuci je povinny nahradit Kupujucemu naklady,
ktoré boli so vznikom a odstranenim vady spojené, a to do tridsiatich (30) dni po obdrZani
prislusnej faktury Kupujuceho.

Predavajlci sa zavazuje pocas zaruénej doby zabezpecit vykonanie akejkolvek zaruénej opravy
na Pristrojoch autorizovanym servisom.

11.10 Predavajuci tymto deklaruje, Ze pocas trvania zadrucnej doby podla tejto Zmluvy poskytuje

12.1

12.2

12.3

12.4

131

13.2

133

134

13.5

Kupujucemu na Predmet plnenia zarucny servis.

Clanok XII.
Povinnosti Predavajuceho pri plneni Zmluvy

Predavajuci sa zavazuje dodat Predmet plnenia podla tejto Zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost.

Predavajuci je povinny realizovat Predmet plnenia svojimi pracovnikmi alebo pracovnikmi
svojich subdodavatelov.

Predavajuci a jeho subdodavatelia musia pri realizacii Predmetu plnenia postupovat s odbornou
starostlivostou a nesmu ohrozit bezpec€nost a spolahlivost prevadzky ostatnych pristrojov
a zariadeni Kupujuceho.

Predavajuci je povinny bezodkladne informovat Kupujiceho o akychkolvek okolnostiach, ktoré
by mohli mat za nasledok omeskanie dodrzania terminu plnenia Zmluvy, zmenu zmluvnej ceny
alebo ind zmenu v podmienkach realizacie Predmetu plnenia.

Clanok XIlI.
Subdodavatelia

Predavajuci je povinny preukazatelnym spdsobom oboznamit Subdodavatela s podmienkami
tejto Zmluvy a zaviazat Subdodévatela na dodrziavanie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
Preddvajuci zodpoveda za splnenie vietkych povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy zo strany
Subdodavatela.

Predavajuci je zodpovedny za dodriiavanie ml¢anlivosti podla Clanku XVI. tejto Zmluvy a za
akukolvek Skodu, konanie, porusenie, opomenutie alebo zanedbanie sp6sobené
Subdodavatelom, jeho pracovnikmi, alebo osobami nim poverenymi, pri realizacii Predmetu
plnenia Kupujicemu a/alebo inym osobam, pricom zodpoveda tak, akoby skodu, konanie,
porusenie, opomenutie alebo zanedbanie sposobil sam Predavajuci.

Subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do Registra partnerov verejného sektora (RPVS),
je pocas platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy povinny byt v RPVS zapisany a plnit vsetky povinnosti
podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Predavajuci je opravneny zadat subdodéavku na realizacii Predmetu plnenia len Subdodavatelom
uvedenym v Prilohe €. 3 k tejto Zmluve.

V pripade zmeny Subdodavatela pocas trvania tejto Zmluvy, priCom zmenou sa rozumie vymena

v

Subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 3 k tejto Zmluve alebo vstup dalSieho nového

9



13.6

13.7

13.8

Subdodavatela, je povinny Preddavajuci najneskdr pat (5) pracovnych dni pred zmenou
Subdodavatela pisomne poZiadat Kupujliceho o udelenie sthlasu so zmenou Subdodéavatela
a v tejto ziadosti uviest minimalne identifikaéné Udaje navrhovaného nového Subdodavatela
vratane Udajov o osobe opravnenej konat za navrhovaného nového Subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a pisomny a neodvolatelny sihlas osoby
opravnenej konat za navrhovaného nového Subdodavatela s poskytnutim a spracovanim
osobnych tdajov. Novy Subdodavatel musi spifiat podmienku podla bodu 13.3 tohto Clanku.

Predavajuci je povinny oznamit Kupujicemu akukolvek zmenu udajov o kazdom navrhnutom
a Kupujucim odsuhlasenom Subdodavatelovi pocas plnenia tejto Zmluvy a to bezodkladne,
najneskoér v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Predévajuci je povinny zabezpecit, aby vsetci Subdodavatelia mali platné prislusné opravnenia,
koncesie, certifikdty, licencie a tieZ odbornu kvalifikaciu a dostatok odbornych skusenosti, ktoré
su nevyhnutné na vykondvanie ¢innosti podla ich zmldv s Predavajdcim.

Predéavajuci je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat voéi Subdodéavatelom v sulade so
zdsadami poctivého obchodného styku, t j. najmd uhradit Subdodavatelom v primerane;j
dohodnutej lehote dohodnutu cenu za riadne a v¢asné vykonané cinnosti podfa ich zmlav
s Predavajucim.

Clanok XIVv.
Povinnosti Kupujuceho pri plneni Zmluvy

Kupuijuci je povinny poskytnut Predavajucemu nevyhnutne potrebnu sicinnost v zmysle tejto Zmluvy,
najma umoznit Predavajicim ustanovenému personalu pristup na Miesto dodania v primeranom ¢ase
a v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

151

15.2

Clanok XV.
Vykon kontroly

Predévajuci je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim predmetu zmluvy
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku uzavretej medzi Kupujicim ako prijimatefom a Ministerstvom Skolstva,
vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky ako poskytovatelom, a to opravnenymi osobami
vzmysle Zmluvy o NFP, ktorymi s najma: a) Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej
republiky a nim poverené osoby (auditné utvary); b) Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu
a $portu Slovenskej republiky a nim poverené osoby (auditné utvary); c) Utvar vnitorného
auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
d) Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby;
e) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;
f) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; g) osoby
prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) a7 e) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU;
a poskytnut im vSetku potrebnud a pozadovanu sucinnost.

Kontrolu plnenia Zmluvy bude Kupujlci a opravnené osoby uskutoériovat najmé na pracovnych
poradach, pripadne inym vhodnym spdsobom. Na pracovnych poraddch su obe Zmluvné strany
povinné zabezpecit pritomnost svojich zodpovednych osdb. Z pracovnych porad Predavajdci bez
zbytocéného odkladu vyhotovi pisomné zaznamy, ktoré predloZi Kupujucemu na vyjadrenie, Ci
obsah zdznamu zodpoveda vysledkom porady. Pokial Kupujuci nedoruci Predavajucemu
pripomienky k takymto zaznamom najneskor do troch (3) pracovnych dni, ma sa za to, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

10



15.3

l6.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17.1

Zmluvné strany sa zavazuju reagovat na pripadné ziadosti, navrhy a pripomienky bez zbytoéného
odkladu, najneskér vsak do troch (3) pracovnych dni.

Clanok XVI.
Doverné informacie

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky obchodné a technické informacie, ako aj iné informacie
a materialy, ktoré im druhd Zmluvna strana zveri a oznaci ako dokument /nosi¢/ s obmedzenym
pristupom alebo ktoré jedna Zmluvna strana od druhej Zmluvnej strany v priebehu plnenia tejto
Zmluvy ziska, budu udrziavat v tajnosti, nevyuziju ich k svojmu finanénému ¢i inému prospechu,
ani v prospech alebo potreby tretej osoby, nespristupnia ich tretim stranam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany a nepouZiju tieto informdacie
a materidly k inym dcelom nez k plneniu tejto Zmluvy. Tento suhlas nie je potrebny pre
spristupnenie informdcii pradvnym poradcom, auditorom, inym poradcom, konzultantom
a subdodavatefom Zmluvnej strany, avsak vzdy len do rozsahu informdcii nevyhnutnych pre
plnenie ich povinnosti v suvislosti s realizaciou Predmetu plnenia a za podmienky, zZe na seba
prevezmu povinnost ml¢anlivosti v rozsahu podla tohto Clanku.

Kupuijuci je povinny udrZiavat v tajnosti a nespristupriovat Ziadnej tretej strane informacie alebo
Udaje oznacené Predavajucim ako dokument /nosi¢/ s obmedzenym pristupom, s vynimkou
bodu 16.1 tohto Clanku a dalej s tou vynimkou, Ze takéto informécie alebo Gdaje budu pouzité
pre Ucely stanovené touto Zmluvou, predovsetkym pre zaistovanie prevadzky a zaskolenia jeho
obsluhy.

Kupuijlci je opravneny bez suhlasu Predavajuceho oznamit v nevyhnutnom rozsahu informécie
oznacené Preddvajucim za dokument /nosi¢/ s obmedzenym pristupom, ktoré pre ucely tejto
Zmluvy budu na zaklade prislusnych pravnych predpisov vyZadované osobami opravnenymi na
vykon kontroly v zmysle bodu 15.1 Clanku XV. tejto Zmluvy v stvislosti s vykonom kontroly.

Predévajlci je opravneny bez suhlasu Kupujice oznamit v nevyhnutnom rozsahu informacie
oznacené Kupujucim za dokument /nosi¢/ s obmedzenym pristupom, ktoré pre ucely tejto
Zmluvy budu na zaklade prislusnych pravnych predpisov vyZzadované statnymi organmi, Gradmi
a instituciami vratane financnych alebo inymi Uradmi zaoberajicimi sa verejnopravnym
posudzovanim Predmetu plnenia.

Dalej uvedené informécie su vyli¢ené z povinnosti utajovania dokumentov /nosicov/

s obmedzenym pristupom oboch Zmluvnych stran:

(a) informacie, ktoré su alebo sa uz stali verejne znamymi bez toho, aby druhd Zmluvna strana
porusila svoju povinnost mléanlivosti,

(b) informacie, ktoré prijimajica strana obdrZala od tretej strany, pokial Zmluvna strana
preukaze, Zze odévodnene predpokladala, Ze tretia osoba nebola povinna k povinnosti
mlcéanlivosti.

Preddvajuci berie na vedomie, Ze povinnosti Kupujiceho ako povinnej osoby v zmysle zdkona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov maju
prednost pred ustanoveniami tohto Clanku.

Clanok XVIL.
Zastupca Kupujuceho

Zastupcu alebo zastupcov Kupujiceho (dalej ako ,Zastupca Kupujuceho”) a rozsah jeho/ich
opravneni zastupovat Kupujuceho je Kupujuci povinny bezodkladne po uzavreti tejto Zmluvy

11



17.2

17.3

pisomne oznamit Predavajuicemu. Rovnako je povinny oznamit kazdd pripadnt zmenu Zastupcu
Kupujuceho.

Kupuci je povinny véas uréit Zastupcu Kupujiceho, ktory bude povereny najma podpisovanim
Protokolu o prevzati pristroja a inymi ikonmi v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy Kupujucim.

V pripade, Ze Kupujuci vyslovne a bez zbytocného odkladu neoznami Predavajicemu Zastupcu
Kupujuceho, je Predavajluci opravneny sa spolahnit na to, Ze osoby s nim konajlce, su
opravnené riadne zastupovat a konat v mene Kupujiceho.

Clanok XVIII.
Zastupca Predavajticeho

Zastupcu alebo zastupcov Predavajuceho (dalej ako ,Zastupca Predavajuceho”) a rozsah jeho/ich
opravneni je Predavajuci povinny bezodkladne po uzavreti tejto Zmluvy pisomne oznamit Kupujucemu.
Rovnako je povinny oznamit kazdd pripadnt zmenu Zastupcu Predévajuceho.

19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

21.1

Clanok XIX.
Skolenie personalu Kupujticeho

Predavajuci je povinny zaistit Skolenie personalu Kupujiceho v sulade s touto Zmluvou.
Predavajuci najneskor .pat (5) pracovnych dni vopred informuje Kupujiceho o tom, Ze je
pripraveny vykonat zaSkolenie personalu Kupujiceho a o termine zaskolenia (ktory musi byt
pracovnym driom).

V pripade, Ze Preddvajucim navrhnuty termin zaskolenia nie je pre Kupujuceho vhodny,
Predavajuci urdi iny, nahradny termin, ktory v§ak nesmie byt neskorsi ako treti (3) pracovny den,
nasledujuci po pévodne navrhovanom termine zaskolenia.

Zaskolenie personalu Kupujiceho sa bude povaZovat za riadne vykonané aj v pripade, Ze sa
pracovnici Kupujuceho nezucastnili zaskolenia v dohodnuty termin.

Clanok XX.
Zmluvné pokuty

Pre pripad omeskania Preddvajliceho s nedodrzanim lehoty pInenia podla bodu 8.1 Clanku VIII.
tejto Zmluvy a/alebo Harmonogramu je Kupujuci opravneny uplatfiovat voci Predavajucemu
zmluvna pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom sto EUR) za kazdy der omeskania s dodanim
Predmetu plnenia.

Predavajici vsak nie je povinny zaplatit zmluvnd pokutu, ak omeskanie bolo spbsobené
Kupujucim, alebo do$lo k posunu terminu dodania Predmetu plnenia podla bodu 8.1 Clanku VIII.
tejto Zmluvy.

Predavajici je opravneny uplatiiovat voéi Kupujicemu Urok z omesSkania za omeskanie
s platenim zmluvnej ceny vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Clanok XXI.
Vlastnicke pravo

Vlastnicke pravo k odovzdanému Pristroju prechadza na Kupujiceho momentom zaplatenia
ceny za Pristroj Predavajucemu.

12



21.2

22.1

22.2

22.3

224

22.5

22.6

23.1

23.2

23.3

23.4

Predavajuci sa zavazuje dodavat len také Pristroje, ktoré nie s zatazené akymikolvek pravami
tretej osoby (vratane vyhrady vlastnictva, zalozného préva, uZivacieho prava a pod.).

Clanok XXII.
Nebezpecenstvo vzniku skody

Nebezpecenstvo vzniku Skody na Pristroji (vratane straty alebo znicenia) zndsa Predavajuci do
momentu podpisu Protokolu o prevzati pristroja.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na Pristroji prechadza na Kupujiceho diiom podpisu Protokolu
o prevzati pristroja.

Predavajuci zodpoveda za Skody na Pristroji, spdsobené v suvislosti s odstrafiovanim vad zo
strany Preddvajlceho.

Ak vznikne na Pristroji alebo akejkolvek Casti Pristroja Skoda, strata alebo akdkolvek ind ujma
v dobe do okamihu prechodu rizik na Kupujiceho, Preddvajlci na svoje ndklady odstrdni
vzniknutl Skodu, stratu alebo inl ujmu a uvedie Pristroj alebo jeho €ast, vo vietkych ohladoch
do bezchybného stavu a do suladu s podmienkami tejto Zmluvy.

Za Skody na majetku Kupujiceho zodpoveda Predavajuci, ak vznikli v dosledku realizacie
Predmetu plnenia Preddvajucim alebo v slvislosti s nim. Za $kody spo6sobené Vy$Sou mocou
Predavajuci nezodpoveda.

KaZzda zo Zmluvnych stran zodpovedd druhej Zmluvnej strane v celom rozsahu za Skodu, ktoru
sposobila porusenim svojej povinnosti a/alebo svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Clanok XXIil.
Vyssia moc

Ziadna zo Zmluvnych strén nie je zodpovednd za neplnenie povinnosti danych touto Zmluvou
v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo désledkom Vy3sej moci. Zodpovednost
vSak nevyluCuje prekazka, ktora vznikla len v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej ekonomickych pomerov.

Za Vy$$iu moc sa budu povazovat najma nasledovné udalosti a okolnosti:

(a) vojna, vojnovy stav, vzbura, povstanie, iné hromadné nasilné nepokoje, strajk, vyluky,

(b) teroristické Ciny,

(c) jadrova reakcia, jadrové Ziarenie, kontaminacia radioaktivitou, vybusny material,

(d) tlakové viny spOsobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi pohybujicimi sa
rychlostou zvuku alebo nadzvukovou rychlostou,

(e) pbsobenie prirodnych sil, ktoré nebolo mozné v ase uzavretia Zmluvy predvidat alebo ho
odvratit (napr. zemetrasenie, povoderi a pod.).

O vyskyte Vys$sej moci upovedomi Zmluvna strana odvoldvajuica sa na a rozsah jeho oprdvneni
Vyssiu moc neodkladne, najneskor vsak do piatich (5) dni odo diia, kedy sa o jej vzniku dozvedela,
druhd Zmluvna stranu. Rovnakym sp6sobom bude druhd Zmluvna strana informovana o tom, Ze
okolnosti Vys$sej moci pominuli.

Bez ohladu na iné ustanovenia tejto Zmluvy Predévajuci nenesie zodpovednost za $kodu alebo
stratu na Pristrojoch sp6sobent Vys$Sou mocou.
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24.1

24.2

24.3

244

24.5

24.6

Clanok XXIV.
Odstupenie od Zmluvy

Kupujuci je opravneny na zdklade pisomného odstupenia od tejto Zmluvy (doruc¢eného bez
zbytoéného odkladu) odstupit od tejto Zmluvy z dévodov uvedenych v bode 5.4 Clanku V. tejto
Zmluvy a/alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch SR.

V pripade odsttpenia Kupujiceho podla bodu 24.1 tohto Clanku je Kupujuci povinny zaplatit
Predavajucemu tu cast zmluvnej ceny, ktord zodpoveda vykonanym dodavkam a sluzbam na
Predmete plnenia (bez ohladu na to, ¢i boli nainstalované ¢i prevzaté alebo nie) do momentu
zaniku tejto Zmluvy.

Predavajuci je opravneny, na zaklade pisomného odstipenia od tejto Zmluvy, odstupit od tejto
Zmluvy z dévodov uvedenych vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch SR.

V pripade odstupenia Predavajiceho podla bodu 24.3 tohto Clanku je Kupujuci povinny zaplatit
Predédvajucemu tu c¢ast zmluvnej ceny, ktora zodpoveda vykonanym dodavkam a sluzbdm na
Predmete plnenia do momentu zdniku tejto Zmluvy, ktoré boli preukazatelne nainstalované
a/alebo prevzaté.

’

Tato Zmluva zanikad ku dniu dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej Zmluvnej strane, pokial
v ozndmeni o odstupeni nie je uréeny iny, neskorsi derl U¢innosti odstUpenia od tejto Zmluvy.

Akékolvek platby Kupujiceho dlzné v dosledku odstipenia od tejto Zmluvy musia byt vykonané
v lehote tridsiatich (30) dni od Uc¢inného odstupenia od tejto Zmluvy.

Clanok XXV.
Postupenie

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze bez predchadzajiuceho vyslovného pisomného suhlasu druhej Zmluvnej
strany nepostupia tretej strane akékolvek pravo, pohladdvku alebo zavazok z tejto Zmluvy vyplyvajuci
pocas celej doby platnosti a uc¢innosti tejto Zmluvy.

27.1

27.2
27.3

27.4

27.5

Clanok XXVI.
Zaverecné ustanovenia

Akakolvek zmena tejto Zmluvy musi byt vykonana na zaklade dohody Zmluvnych stran, a to vo
forme Cdislovanych pisomnych dodatkov ktejto Zmluve, riadne podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran. Podpisy Zmluvnych stran musia byt na tej istej listine,
v opa¢nom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve nedoslo.

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uginnost tejto Zmluvy nastava dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmldv.

Ak sa stane alebo ak je akékolvek ustanovenie alebo podmienka tejto Zmluvy neplatnou alebo
nevynutitelnou, neovplyvriuje tato neplatnost alebo nevynutitelnost ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy, pokial zo zvlastneho pravneho predpisu nevyplyva inak.

Tato Zmluva je vyhotovend v slovenskom jazyku v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu,
z ktorych Styri (4) obdrzi Kupujuci a dva (2) Predavajuci.
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27.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si dokladne precitali a pochopili obsah tejto Zmluvy, suhlasia s tym,
Ze tato Zmluva je vyjadrenim ich skutocnej a slobodnej vole na ddékaz ¢oho ju strany
prostrednictvom svojich zdstupcov uzatvaraju pripojenim svojich podpisov.

V Bratislave, dna.............. V Bratislave, dna ..........

Kupujuci: Preddvajuci:

prof. RNDr. Pavol Sajgalik, DrSC., RNDr. Mariana Dankovd, PhD.
predseda SAV prokuristka PRAGOLAB s.r.o.
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Priloha¢. 1

KAPITOLA B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Cielom Slovenskej akadémie vied (SAV) ako vedeckovyskumnej institucie v rdmci projektu , Vybudovanie
Centra pre vyuZzitie pokrocilych materidlov Slovenskej akadémie vied” spolufinancovaného zo zdrojov
Eurdpskej unie, ktorého ustrednou témou je modifikacia povrchov a rozhrani pre nové funkcionality
$truktur a prvkov v oblasti pokrodilych (nano)materidlov, biomediciny a udrzatelnej energie, je vytvorit
podmienky pre poskytovanie Spickovych vysledkov v tejto oblasti vyskumu. Budovanie a rozvoj vyskumne;j
infrastruktury je nevyhnutnou podmienkou pre ziskavanie kvalitnych vysledkov vyskumu. Pre naplnenie
tohto ciela pripravila SAV v spoluprdci s partnermi projektu podklady pre zadavanie zdkazky, ktorej
predmetom je doddvka laboratérnych pristrojov azariadeni vratane ich instalacie, resp. upgrade
existujlcich pristrojov a zariadeni pre Biomedicinske centrum SAV / Ustav polymérov SAV / Ustav
materidlov a mechaniky strojov SAV / Ustav anorganickej chémie SAV / Fyzikdlny ustav SAV /
Elektrotechnicky Ustav SAV.

Organizacie SAV - partneri projektu Vybudovanie Centra pre vyuzitie pokrocilych materidlov SAV -
spolupracuju formélne alebo neformalne pri budovani infrastruktury. Od prvych vyziev na projekty SF sa
¢lenovia konzorcia projektu, ktori maju vyskumné aktivity v oblasti materidlového vyskumu, dohodli
budovat infrastruktiru v oblasti materidlovych vied komplementérne, s viziou pre Slovensko ojedinelého
komplexu laboratérii vybavenych modernou a unikatnou infrastruktirou pristupnou vsetkym partnerom a
atraktivnou pre doktorandov a mladych vyskumnikov zo Slovenska i zo zahranicia. V podobnom duchu sa
pokracovalo v budovani infrastruktiry v ramci projektu vyskumného centra Centrum aplikovaného
vyskumu CAV.

Sucasny projekt reprezentuje 3. etapu budovania modernej vyskumnej infrastruktuiry. Takto v Bratislave v
areadli SAV vznika v ramci Slovenska unikatny stubor laboratérii so svetovo kompetitivnou infrastruktirou,
ktora je podporena kvalifikovanymi medzindrodne re$pektovanymi expertami. Ucast Biomedicinskeho
centra SAV v predloZzenom projekte, ktoré svoju infrastruktiru budovalo v rdmci projektu univerzitno-
materidalového a biomedicinskeho, so vietkymi pozitivnymi synergickymi efektami. Nova, resp. doplnena
infrastruktira nevyhnutne vyZaduje moderné kvalifikované laboratérne priestory, ktoré planujeme v ramci
predloZzeného projektu pripravit a vyuzit. Zaroven vytvori potrebné podmienky pre udrZatelnost projektu.

Pre ucely verejného obstardvania sa rozdelila poZadovana infrastruktura do logickych celkov (Casti zakazky)
podla funkcii jednotlivych pristrojov a zariadeni. Su to:

1. ¢ast: Technologicky celok pre pripravu vzoriek materialov,

2. Cast: Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materialov,

3. Cast: Technologicky celok pre sledovanie fyzikalno-chemickych vlastnosti materiélov,

4. Cast: Technologicky celok pre Specialne spracovanie materialov.

Pristroje v rdmci jedného celku (Casti zdkazky) maju spolocné oblasti vyuZitia z hladiska ich funkcionality.

1. ¢ast Technologicky celok pre pripravu vzoriek materialov je zloZeny z pristrojov a zariadeni, ktoré slizia
na pripravu vzoriek, niektoré vyzaduju extrémne podmienky, vysoké teploty alebo vysoké tlaky. Tieto
pristroje a zariadenia tvoria logicky celok predovsetkym pre vyskum keramik a inych kompozitov. Kl'icové
zariadenia sU na mieru vyrabané pece a 3D tlaciaren pre keramické materidly. Pre projekt je potrebné, aby
boli dodrzané vsetky parametre pozadovanych pristrojov a zariadeni, v zdujme Co najvyssej efektivity ich
vyuzivania. Je to vnutorne suvisiaci komplex pristrojov a zariadeni, ktoré su potrebné pre plnenie
vyskumnych cielov projektu.



2. &ast Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materidlov je zamerany na analyzu vzoriek na
baze spektroskopickych metdd. Su to optické spektroskopické metddy vyuzivajlce rozne oblasti viditelného
a IR spektra. Dalej rastrovacie sondové mikroskopie, ako atémova silova mikroskopia a je dalsie varianty.
NajdélezitejSimi zariadeniami v tejto skupine su zariadenia na baze FTIR, vakuovatelny FTIR spektrometer a
Rastrovaci FTIR mikroskop pracujuci v rezime blizkeho pola. Dalej st to zariadenia pre RTG fotoelektrénovu
spektroskopiu s UPS a klastrovym delom a zariadenie hmotnostny cytometer so zobrazovacim systémom.
To su zariadenia, ktoré na Slovensku nie su a viaceré z nich si mimoriadne aj eurépskom rozmere. Tieto
zariadenia spolu s dalsimi doélezitymi mensimi zariadeniami tvoria komplex, ktory je navzajom
komplementarny a vytvori najmodernejsi spektroskopicky infrastrukturny klaster na Slovensku. Je délezité
tieto zariadenia obstaravat v jednom celku, aby sa dodrzali vietky parametre zariadeni a vytvoril sa
komplementarny celok.

3. ¢ast Technologicky celok pre sledovanie fyzikalno-chemickych vlastnosti materidlov je subor zariadeni
a doplnkov. Tento technologicky celok je zamerany na pristroje a zariadenia umoznujice merat fyzikalne a
chemické veliciny, ktoré poskytuju data pre popis Struktury a vlastnosti materialov. DélezZitymi zariadeniami
s vakuovatelny tribometer, zariadenie na urcovanie merného povrchu praskovych materidlov metédou
BET a systém (HW a SW) na simulovanie a modelovanie fyzikalnych procesov. Celok je vytvoreny tak, aby
bola dodrzana logickad suvislost a komplementarita zariadeni. To umozni vsetkym partnerom projektu
efektivne vyuzivane tychto pristrojov a zariadeni.

4, ¢ast Technologicky celok pre 3pecialne spracovanie materialov - s to zariadenia potrebné pre depozicie
tenkych vrstiev a ultratenkych vrstiev alebo nanasania na prasky, zariadenia pri pripravu vzoriek vo vakuu,
v $pecidlnej atmosfére, stencovania a iného opracovania experimentdalnych vzoriek, zariadenia na uréovanie
mechanickych vlastnosti vzoriek, zariadenia pre preparativhu chromatografiu ako aj dalSie nevyhnutné
podporné zariadenia, ako su optické antivibraéné stoly a pod. vratane nevyhnutnej modernizacie uz
existujucej infrastruktiry. Celok je vytvoreny tak, aby umoznil aj netradi¢né vyuzivanie zariadeni indikované
multidisciplindrnym vyskumom. Zaroveri je dodrzana logickd suvislost komplementarity zariadeni. To
umozni vSetkym partnerom projektu efektivne vyuZivanie tychto pristrojov a zariadeni.

NiZSie suU stanovené povinné poZadované funkéné a vykonnostné parametre jednotlivych polozZiek
predmetu zédkazky pre kazdu Cast zdkazky samostatne. Pokial sa v opise predmetu zakazky pouzil odkaz na
konkrétnu znacku, vyrobcu, alebo vyrobok alebo typ vyrobku - tieto boli pouzité vylu¢ne nailustraciu vtedy,
ak nebolo mozné dostatotne presne a zrozumitelne opisat predmet zdkazky v sulade so zakonom o
verejnom obstardvani a obvyklou obchodnou praxou prevazujucou pri dodavke rovnakych alebo
obdobnych predmetov zdkazky. V takychto pripadoch sa ma za to, Ze je vidy doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny”.

Zakazka je rozdelena na Styri (4) ¢asti a ponuky mozno predkladat na vSetky casti, jednu ¢ast, dve Casti alebo
tri Casti.



2. éast Technologicky celok pre spektrdlnu charakterizaciu materialov

0.H1.P37 Vakuovatelny FTIR spektrometer (1 ks)

Spektrometer FTIR na opticku analyzu vzoriek v $irokom rozsahu vinovych dizok s plne vakuovanou optikou
pracujucou pri nizkom tlaku s moznostou Cerpat oddelene vzorkovaci priestor od priestoru s ulozenym
interferometrom na merania v plnom spektrdlnom rozsahu bez nutnosti manualnej vymeny optickych
komponentov.

Minimalne technické parametre:

spektrometer s plne viakuovanou optikou pracujicou pri tlaku nizSom nez 3 hPa, moznost Cerpat
oddelene vzorkovaci priestor od priestoru s ulozenym interferometrom,

spektralny rozsah 10 — 50 000 cm, spektralne rozlidenie lepsie nez 0,2 cm™, vinoétova presnost:
0,005 cm™ (pri 2 000 cm™?), S/N pomer 60 000: 1 (1 min, peak-to-peak),

spektrometer musi umozriovat meranie v plnom spektrdlnom rozsahu bez nutnosti manualnej
vymeny optickych komponentov,

interferometer s automatickou justaciou, pohyb zrkadla interferometra zaisteny mechanizmom bez
trenia, deli¢e zvazku pre interferometer pre spektralne oblasti FIR, MIR a NIR/VIS/UV, pocitatom
riadeny menic deli¢a zvazku s minimdlne Styrmi poziciami na rychlu vymenu bez porusenia vakua,
zdroje Ziarenia pre spektralne oblasti FIR, MIR a NIR/VIS/UV,

detektory: RT DLaTGS pre FIR oblast, He chladeny Si-Bolometer pre FIR oblast
(rozsah 650 — 10 cm®), RT DLaTGS pre MIR oblast, N, chladeny MCT pre MIR/NIR oblast, RT
InGaAS pre NIR oblast, Si didda pre NIR/VIS oblast, GaP didéda pre UV oblast,

moznost rychleho skenovania (viac neZ 65 spektier/s pri rozliseni 16 cm™),

aspon 2 vstupné porty Ziarenia a aspon 5 vystupnych portov Ziarenia,

automatické rozpoznavanie pripojeného prislusenstva,

automaticka kontrola vietkych zékladnych komponentov spektrometra: laser, IC zdroj, detektor,
software na plInu kontrolu vsetkych meracich kandlov a metdd, vratane mozZnosti spracovania
nameranych spektier.

Prislusenstvo:

0 jednoodrazovy ATR modul s diamantovym ATR krystalom (diamantovy monoliticky krystal
fixovany mechanicky umozniujuci rychlu vymenu) a musi umozriovat meranie v rozsahu
minimalne od 10 aZ 10 000 cm™, ATR meracia jednotka s pritlatnym drZiakom na lepsi
kontakt vzorky s ATR kryStalom, integracna sféra do vzorkovacieho priestoru, pozlaten3,
spektralny rozsah vrozmedzi minimalne od 14 000 aZ? 400 cm?, reflexnd jednotka
s nastavite/nym uhlom minimalne od 13° do 83°, pocitacom nastavitelny uhol,

0 kryostat, chladeny kvapalnym He na umiestnenie do vzorkovacieho priestoru
spektrometra, mozZnost reguldcie teploty, prietoku He, vratane drziaku vzorky
a prislusenstva.

0.H1.P38 Rastrovaci FTIR mikroskop pracujtci v rezime blizkeho pola (1 ks)

Rastrovaci FTIR mikroskop umozZnujuci kolokalizaciu morfolédgie povrchov s ich infracervenymi absorpénymi
spektrami s priestorovym rozliSenim lepsim ako 10-20 nm.

Minimalne technické parametre:

systém pracujlci na principe kombinacie techniky AFM a s-SNOM (Scanning Nearfield Optical
Microscopy) s FTIR detekciou,

s-SNOM musi umoziiovat pracu so vzorkou rozmerov minimélne 40 mm x 50 mm x 15 mm az do
hmotnosti 100 g,

rozsah skenovania vzorky musi mat minimalny rozsah 100 pm x 100 pum,

pre vizualizaciu vzoriek a lahku identifikaciu oblasti zadujmu musi s-SNOM integrovat opticky
mikroskop pracujuci vo svetlom poli, na presné snimanie vzorky optické rozliSenie musi byt



minimalne 0,8 um podporované 5 Mpixel vysokorychlostnou CCD kamerou alebo lepSou a zorné
pole minimalne 700 um (diagonalne),

s-SNOM musi obsahovat osvetlovaciu jednotku adetekénu jednotku s vysokou numerickou
aperturou, ktora podporuje translac¢né pohyby vzhladom na opticku os,

s-SNOM musi byt schopny simultanneho merania amplitidy a fazy v kazdom pixeli s ¢asovym
rozliSenim v milisekundach,

musi byt zabezpedend nezavisla detekcia rozptyleného signélu z dvoch stran, minimalne SHG alebo
pruzna/nepruzna simultdnna detekcia rozptyleného Ziarenia,

systém musi byt vybaveny asymetrickym Michelsonovym interferometrom vhodnym na meranie
nano-FTIR spektroskopie so spektrdlnym rozlisenim najmenej 7 cm?,

schopnost pracovat vo viditelnom, blizkom IC, strednom IC, a THz spektrdlnom rozsahu s jedinou
spolo¢nou drahou Iuc¢a (napr. vyZaduje sa reflexna optika a parabolické zrkadlo pre fokusaciu luca),
systém s-SNOM musi obsahovat minimalne 4 vysokofrekvencné blokovacie zosilfiovaée, minimalne
2 vlastné vstupy ADC na analyzu interného signdlu a minimalne 2 vlastné vystupy DAC na analyzu
externého signdlu,

ilumina¢ny modul na baze parabolického zrkadla s dvomi segmentami s minimdalnou optickou
apertirou 0,46 a presnostou nastavenia minimalne 10 nm, moznost simultdnneho osvetlenia
vzorky oboma segmentami,

Siroko-spektralny iluminaény zdroj s minimalnym spektralnym rozsahom 650 - 2200 cm™ a $tyrmi
QCL lasermi pre rychle rastrovanie povrchu,

detekéna ¢ast na baze FTIR spektrometra,

s-SNOM musi byt vybaveny Sirokopasmovym IR laserom so spektralnym pokrytim najmenej
4,5 —15 pm a minimalnou Sirkou pasma 700 vinovych Cisel,

systém musi byt vybaveny preladitelnym QCL zdrojom pre zobrazovacie aplikacie
v nanomaterialoch a na zabezpeéenie priameho riadenia vinovej dizky laserovej emisie,

systém s-SNOM musi byt vybaveny zobrazovanim na diskrétnych vinovych dizkach,

systém musi obsahovat komponenty: IR detektor, asymetricky interferometer, fokusaéné jednotky
a zrkadl3) na optimalizaciu integracie medzi laserom a mikroskopom,

SNOM s AFM

0 s-SNOM musi mat dostatocne velky priestorovy uhol pre fokusaciu optického Ziarenia na AFM
hrot (180° horizontalne, 60° vertikalne),

0 pre efektivhu extrakciu v blizkom poli a potlacenie pozadia musi systém podporovat pri kazdej
polohe AFM hrotu demodulaciu signalu od 1. az do 5. harmonickej na minimalne 2 nezavislych
signaloch (signal mechanicky / AFM a s-SNOM) simultdnne,

0 integrované parabolické zrkadlo musi obsahovat motorizovany polohovatelny systém na
presné fokusovanie externého zdroja svetla na AFM hrot, polohovatelny systém musi mat
minimalny rozsah 4 mm v X, Y, Z s minimalnou presnostou polohovania < 100 nm vo vsetkych
3 osiach, systém musi mat prostriedky na uloZenie a obnovenie optimalizovanej polohy
parabolického zrkadla,

0 s-SNOM musi byt schopny nekolinearnej fokusacie dvoch zdrojov svetla na AFM hrot,

0 s-SNOM musi umoznit jednoduchd vymenu vzorky bez ovplyvnenia polohy AFM hrotu,

0 hlava snimacej sondy s-SNOM musi umoZfiovat motorizované polohovanie v 3 navzajom
kolmych osiach s jednoduchym nastavenim AFM hrotu, rozliSenie polohy hlavy snimacej sondy
musi mat rozliSenie polohovania menej ako 200 nm,

0 v pripade elektricky nabitych vzoriek alebo vzoriek s definovanym potencidlom musi mat hlava
skenovacej sondy moznost pripojenia externého potencialu na AFM hrot,

0 systém musi podporovat viac vstupov ADC pre korelaéné merania sucasne s AFM a optickymi
signalmi v blizkom poli (napr.: fotoprud, fotoluminiscencia),

0 s-SNOM musi podporovat nasledujice standardné rezimy AFM: kontaktny madd, tapping mod
a mechanicku topografiu a fazové zobrazenie,



0 AFM mikroskop musi spifiat nasledovné parametre: motorizovany pohyb vzorky
s opakovatelnostou lepSou ako 200 nm, piezoscanner s rozsahom minimalne 100x100 pum
a s rozliSenim lepsim ako 0,4 nm (closed-loop) a 0,2 nm (open-loop),

stcastou dodavky musi byt napajaci zdroj, chladi¢, riadiaca jednotka s prislusnym programovym
vybavenim na zber dat, ich kompletnu analyzu, vyhodnotenie a archivaciu.

0.H1.P39 lluminacny modul pre s-SNOM pre FTIR merania v oblasti 2,4 — 4,2 um (1 ks)

Minimalne parametre pristroja:

ilumina¢ny modul musi mat minimalny rozsah 2,4 az 4,2 um,
podporovana spektralna irka minimélne 1500 cm?,

minimalna opakovacie frekvencia zdroja 50 MHz,

minimalny vykon 80 mW,

ilumina¢ny modul musi byt kompatibilny so s-SNOM mikroskopom,
stabilita zdroja nesmie presiahnut 1 %.

0.H1.P40 UHV hmotnostny spektrometer (1 ks)

Minimalne technické parametre:

hmotnostny spektrometer s moznostou analyzy hmotnostného rozsahu od 1 az 200 amu pre rychlu
identifikaciu zlozenia dosiahnutého vakua,

moznost instalacie na UHV prirubu DIN CF40,

minimalne dva detektory: Faraday, EM,

moznost vypekania na minimalne 300 °C,

stcastou dodavky musi byt modul s moznostou pripojenia na PC data stanicu prostrednictvom
TCP/IP rozhrania.

0.H1.P41 Spektrofluorimeter s ¢asovym rozliSenim (1 ks)

Zariadenie pre meranie statickej a casovorozliSenej fluorescencie v redlnom case.

Minimalne technické parametre:

meranie staticke] fluorescencie v rozsahu UV-VIS-NIR s odstupom signdl Sum minimalne 1:30 000
merané na zaklade Ramanovho signalu z vody,

systém s vysokou citlivostou pre meranie nizkych koncentracii vzorky, malych objemov vzorky alebo
nizkych kvantitativnych vytazkov vzorky,

spektralny rozsah minimalne 230 nm az 900 nm a vacsi,

monochromator typu Czerny-Turner alebo ekvivalent,

ohniskova vzdialenost: 325 mm (pri pouZiti dvojitého monochromatora: 2 x 325 mm),

$trbiny: 0 mm - 11 mm, musia byt plne poditacom riadené,

presnost nastavenia: +/- 0,2 nm alebo lepsia,

Casovo-rozliSené merania s pikosekundovymi excitaCnymi lasermi v minimdlne troch vinovych
dizkach 375 nm, 405 nm, 510 nm pomocou meracej techniky TCSP,

termoelektricky chladeny drziak vzorky,

vykon Xe vybojky minimalne 450 W,

sucastou dodavky musi byt modul s prislusSnym programovym vybavenim na zber dat, ich
kompletnu analyzu, vyhodnotenie a archivaciu.

0.H1.P42 Integrovany analyzacny modul pre merania fluorescencie a morfolégie povrchov pre Ramanov

mikroskop (1 ks)

Integrovany analyzacny modul pre merania fluorescencie a morfoldgie povrchov pre existujici Ramanov
mikroskop typu Alpha 300R, vyrobca Witec.



Minimalne technické parametre:

- analyzaény modul musi byt plne funkéne a technicky kompatibilny s Ramanovym mikroskopom
typu Alpha 300R, vyrobca Witec,

- musi umoznovat rozsirenie zariadenia Ramanovej excitacie o minimalne tri nasledovné vinové
dizky: 405 nm (120 mW), 488 nm (75 mW) a 632.8 nm (35 mW),

musi umozniovat rozsirenie o AFM hlavu pre sufasné meranie morfoldgie povrchu v minimalne
nasledovnych meracich médoch: kontakt, LFM, Tapping, dPFM a force-distance.

0.H1.P43 DPSS laser pre Ramanovu spektroskopiu + fiber coupler (1 ks)

DPSS laser je naviazany do jednomddového optického vlakna pre existujici Ramanov mikroskop typu Alpha
300R od firmy Witec.

Minimalne technické parametre:

- DPSS laser musi byt plne funkéne a technicky kompatibilny s Ramanovym mikroskopom typu
Alpha 300R, vyrobca Witec,

- DPSS jednomddovy laser s vykonom minimalne 300 mW na vinovej dizke 532 nm a minimélnou
Sirkou ¢iary 1 MHz s potrebnym kontrolérom,

- musi obsahovat modul na naviazanie lasera do jednomddového optického viakna.

0.H1.P44 Ultrarychly rastrovaci silovy mikroskop kombinovany s konfokalnym invertovanym

mikroskopom (1 ks)

Minimalne technické parametre:

vysokorychlostné zobrazovanie s minimalne 10 snimkami za sekundu na vhodnej vzorke,
zobrazovanie biologickych a inych makkych vzoriek, ako tkaniva, bunky a hydrogély, vo vysokom
rozliSeni vo vzduchu alebo v kvapaline,

moznost simultdnne pouzivat pokrocilé optické a AFM experimenty ako elektrochémia, super
rezolu¢na a konfokalna mikroskopia,

poZadovana je mozZnost merania silovej spektroskopie a mapovanie sil,

sub-nanometrické rozliSenie AFM v konfigurdcii samostatného (pohfad zvrchu) alebo
invertovaného optického mikroskopu (pohlad zospodu) pre snimanie vzoriek transparentnych aj
netransparentnych,

technoldgia snimania hrotom pre bezpecnu a lahkd obsluhu vo vzduchu, plynoch a tekutinach,
minimalny rozsah skenovania 30 um x 30 um v x-y rovine a 6 um vz smere s Uroviiou Sumu
v uzavretej slucke najmenej 0,015 nm RMS,

vSetky hlavné rezimy AFM: rezim kontaktu s laterdlnymi silami, tapping rezim s fazovym posunom,
rychle snimanie silovych kriviek pre vyhodnotenie mechanickych vlastnosti vo vzduchu alebo
v kvapalinach,

pokrocilé rezimy: bezkontaktné FM a PM, elektrické a magnetické rezimy zobrazovania
v kvapalinach alebo vo vzduchu,

snimanie optickych obrazkov pomocou optickej sustavy so standardnym kondenzorom min. svetlé
pole, fazovy kontrast, Hoffmanova modulacia, DIC simultdnne s AFM zobrazovanim pomocou
invertovaného mikroskopu,

pokrocilé optické techniky simultdnne s AFM: FRET, TIRF, detekcia jednej molekuly, epi-
fluorescencia, konfokalne laserové skenovanie (CLSM) s optickymi mikroskopmi,

musi byt mozna simultanna prevadzka s technikami optického rozlisenia ako STED a STORM
pozadovany je vysoko vykonny digitdlny radi¢ s nizkym Sumom,

otvorena hardvérova a softvérova architektura, zaloZzena na otvorenom opera¢nom systéme,
optimalny vykon zabezpeceny pomocou aktivneho odrusenia vibracii, ako aj pouZzitim akustického
Stitu,

Kontrolér:

plne vybaveny nizkoSumovy vysokovykonny digitalny kontrolér pre SPM
0 vysokorychlostné zaznamendavanie Uudajov, min. 800 000 pixelov/sekunda



0 minimalne 1 vysokonapatovy kanal pre signaly rychleho riadenia:
= minimalne 1 vysokorychlostny plne digitdlny lock-in zosilfiova¢ (60 MSamples/s),
= minimalne 1 stredne rychly plne digitalny lock-in zosilfiovac (800 kSamples/s),
0 vstavana spatna vazba s fdzovou uzamknutou sluckou (PLL),
0 minimalne 4x 24-bitové generovanie skenovacieho signadlu pomocou DAC 1x 60MHz 16bit,
6x 18bit ADC kanaly,
0 minimalne 1x 24bitova vysoko presna ADC alebo ekvivalent,
O vstavany pristup k signdlu s minimalne 2 analégovymi vstupmi a 4 analégovymi vystupmi,
2 digitalnymi kanalmi 10,
O pozadované si min. 2 kandly na Sub-D pre vstup dat; minimalne 2 kanaly (Sub-D) pre vystup
dat,
0 kalibracia tepelného Sumu az do 3,25 MHz,
0 kontrolér musi mat pripojenie na ovladanie PC pomocou Gigabit LAN alebo ekvivalentnou
zbernicou,
0 kontrolér musi mat softvérovo ovladatelné digitalne filtre,

Skenovacia hlava SPM:

atomarne rozlisenie v uzavretej slucke (sluda v pufrovanom roztoku) na inverznom mikroskope pri
aktivnej antivibra¢nej a antihlukovej prostredia ochrana,
pozadované podporované zobrazovacie rezimy vo vzduchu a v kvapaline:
0 snimanie silovych kriviek so spatnou vazbou pomocou "peak force", rezim kontaktu
s boc¢nou silou, rezim snimania v tapping méde s fazovym zobrazenim, Q-riadenie,
zobrazovanie vysSich harmonickych, pokrocilé rezimy ako su PM-AFM alebo FM-AFM,
MFM, mapovanie sily, elektrické rezimy,
pozadované podporované rezimy bez zobrazovania:
0 silova spektroskopia, rezim bodovej spektroskopie, mapovanie sil, pokrocilé rezimy ako
litografia / manipulacia,
motory pre automatické pribliZzenie a korekciu néklonu,

minimalna rychlost snimania jednej linky 100 Hz

pokrocild regulacia v uzavretej slucke pre najnizsi ¢as stabilizacie a zabranenie prekmitu a zvoneniu,
ktory je sp6sobeny kontaktom vzorky a hrotu,

os Z musi byt mechanicky oddelend od skenera XY,

3-osové kapacitné snimace polohy pre prevadzku v uzavretej slucke,

Z-Sum (v spatnej vazbe): < 25 pm RMS,

rozsah skenovania v x-y rovine minimalne 30 um x 30 um a rozsah skenovania v zsmere: min. 6 um,
Sirka pasma detekcie vychylenia: 8 MHz,

moznost merania vzorky priamo na stage min. s priemerom 140 mm x 18 mm; neobmedzene pre
velké vzorky pre skenovaniu hrotom,

hlava musi byt Uplne utesnend proti pare a tekutinam,

poZaduje sa zdroj svetla s vertikalnym dopadom,

musi umoznovat integraciu minimalne s inverznymi optickymi mikroskopmi podporujicimi
fluorescenciu, konfokalnou laserovou skenovacou mikroskopiou, TIRF, Ramanom,

Invertovany opticky mikroskop:

invertovany konfokdlny laserovy mikroskop s minimdlne Styrmi excitaénymi lasermi 405 nm,
488 nm, 561 nm a 640 nm,

minimalne tri optické objektivy: 10x/0,25, 40x/0,55 a 100x/1,25,

dvojdimenzionalny detektor pre konfokalny rezim s moznostou dynamickej volby rozlisenia,

musi umozriovat motorizované Z-stack merania,

sucastou dodavky musi byt modul s prislusnym programovym vybavenim na zber dat, ich kompletnu
analyzu, vyhodnotenie a archivaciu,

zostava rastrovacieho (SPM) a konfokalneho mikroskopu musi umozriovat prekryv optického a AFM
obrazu pocas skenovanie v rezime AFM.



0.H1.P45 Specialna opticka antivibraéna platforma (stdl) pre spektralnu analyzu (1 ks)

Minimalne technické parametre:

opticka antivibracna platforma s timenim pneumatickymi izolatormi so stacenym vzduchom,
minimalne rozmery optickej platformy 2 400 x 1 200 x 200 mm s rastrom 25 x 25 mm a zavitom M6.

0.H1.P46 Pristroj na meranie d6b Zivota excitovanych stavov typu TCSPC (1 ks)

Pristroj umoZnujuci meranie casovorozliSenej fluorescencie (TCSPC- Time Correlated Single Photon
Counting lifetime system) roznych druhov materialov, kvapalnych aj tuhych vzoriek.

Minimalne technické parametre:

musi umoziiovat simultdnne merania ¢asovo rozliSenej fluorescencie afosforescencie, ¢asovo
rozlisenej fluorescencnej anizotropie,

neoddelitelnou sucastou pristroja musia byt minimalne dve pulzné UV LED diédy a Styri pulzné
lasery, ¢asovacia elektronika, emisny monochromator s minimalnym rozsahom od 200 — 800 nm
a Strbinami, bezpecnostna uzdvierka luca, kontrolér laserovych pulznych diéd, pikosekundovy
detekény modul a automatické polarizatory nezavisle pre excitaciu a emisiu,

meratelny rozsah ¢asového priebehu minimalne v intervale od 25 ps aZz 1 s v zavislosti od pouzitého
svetelného zdroja,

prislusenstvo: termoelektricky kontrolovatelny drziak vzorky s moznostou miesania vzorky, drziak
pre tuhé vzorky, prislusenstvo musi umozriovat merania v rozsahu -10 °C az +105 °C,

sucastou dodavky musia byt: lasery - 250 nm (+10 nm) ps pulzny LED, 570 nm (+10 nm) ps pulzny
LED, 405 nm (5 nm) ps pulzny diddovy laser, 485 nm (10 nm) ps pulzny diddovy laser, 635 nm
(£5 nm) ps pulzny diddovy laser, 670 nm (3 nm) ps pulzny diédovy laser,

sucastou dodavky musi byt modul s prislusnym programovym vybavenim na zber dat, ich
kompletnd analyzu, vyhodnotenie a archivaciu, vratane programového vybavenia na analyzu
kinetiky zhdsania excitovanych stavov.

0.H1.P50 UV-VIS spektrofotometer (1 ks)

Minimalne technické parametre:

kompaktny pravy dvojli¢ovy UV-VIS spektrofotometer s monochromatorom typu Czerny-Turner
alebo ekvivalentnym pripojitelny na PC so softvérom a prislusenstvom,

pozadované zdroje Ziarenia - lampa: D2 lampa (UV) a halogénova lampa (VIS),

rezimy merania - fotometricky, skenovaci, kinetika, kvantitativny; fotometricky méd merania -
absorbancia, transmitancia, odraz, energia,

drziak kyviet na referen¢nej a meranej strane 10 mm,

prietokova kyveta 10 mm kremenna kyveta,

prietokovy systém (sipper) pre ddvkovanie kvapalnych vzoriek,

nastavec na polarizaciu a depolarizaciu luca v UV-VIS spektre,

nastavec umoznujuci rotaciu vzorky a meranie v réznom optickom uhle,

termoelektrické (Peltierov ¢lanok alebo ekvivalent) ohrievanie a chladenie vzorky v teplotnom
rozsahu minimalne od 0 °C az 100 °C meracej a referen¢nej kyvety s magnetickym mieSadlom pre
meraciu celu a s teplotnou sondou,

nastavec na meranie pevnych vzoriek - transparentnych filmov,

nastavec na meranie pevnych vzoriek - netransparentnych filmov,

moznost merania vzoriek technikou spekularnej reflexie,

moznost merania vzoriek technikou difizneho odrazu - integraéna sféra,

rozsah vinovych dizok 190 — 1 400 nm,

nastavitelna strbina 0,1 - 5 nm s presnostou < 0,1 nm,

presnost vinovej dizky +0,3 nm,

reprodukovatelnost vinovej dizky UV-Vis 0,05 nm,



- rozptyl svetla pri 220 a 340 nm <0,005 %; fotometricky rozsah (poZaduje sa filter na oslabenie
intenzity luca),

- rozsah nastavenia -4 - +4 Abs,

- fotometricka presnost (1,0 Abs) +0,004,

- fotometricka opakovatelnost (0,5 Abs) +0,001,

- fotometricky Sum < 0,00003 Abs,

- stabilita zakladnej ¢iary po hodinovom zahriati <0,0003 Abs/hod,

- detektor - fotonasobic, InGaAs alebo ekvivalent,

- test pristroja a kalibracia automaticky po zapnuti,

- sUcastou dodavky musi byt analyticky a archivaény modul s prislusnym programovym vybavenim
na analyzy, vyhodnocovanie a archivaciu dat,

- Rozhranie pre pripojenie externého PC a tlaciarne (USB resp. ekvivalent),

- Sietové pripojenie 220V/50HZ.

0.H1.P52 Nanokvapkovy spektrofotometer (1 ks)
UV-Vis mikroobjemovy spektrofotometer na kvantitativnu analyzu nukleovych kyselin a proteinov.

Minimalne technické parametre:

- automatické meranie a autoblank - okamzité meranie ihned po sklopeni ramena,

- spektralny rozsah minimalne od 190 az 850 nm pre meranie réznych typov vzoriek,

- maximalny objem vzorky 1-2 ul vzoriek bez potreby riedenia, minimalne mnozstvo 1 pl,

- prednastavené metddy pre analyzu a stanovenie DNA, RNA, bielkoviny A280, Microarray,
bielkoviny a markery, Pierce 660, Bradford, BCA, a Lowry,

- detekény limit: 2 ng/ul (dsDNA), 0,06 (0,03) mg/mL (BSA (IgG)),

- koncentra¢né maximum: 27 500 ng/uL (dsDNA), 820 (400) mg/mL (BSA (IgG)),

- reprodukovatelnost merania lepsia ako 0,002 A (1,0 mm dizka optickej drahy ) alebo 1 % CV,

- integrovana ovladacia jednotka s dotykovym displejom a s integrovanym programovym vybavenim
umoznujucim identifikaciu kontaminantov, kontrolu integrity vzorky.

0.H1.P53 Rontgenovy fotoelektronovy spektrometer s UPS a klastrovym delom (1 ks)

Kompaktné zariadenie na RTG fotoelektrénovu (XPS), ultrafialova fotoelektrénova spektroskopiu (UPS),
spektroskopiu rozptylu idnov (ISS) a spektroskopiu odrazenych elektrénov s energetickou stratou (REELS)
so zdrojmi Al Ka monochromatického RTG Ziarenia ako aj Ar* idnov a klastrov s vysokorozliSovacim
spektrometrom na presnd povrchovl bodovd, Ciarovd, plosnd (vratane mapovania) a nedestruktivnu
hibkovu (uhlovorozliend XPS) a dedtruktivnu hibkovd analyzu (pomocou Ar* idénov aAr* klastrov)
kvalitativnu aj kvantitativnu analyzu chemického zloZenia masivnych elektricky vodivych aj nevodivych
masivnych  materidlov  atenkych wvrstiev, vratane kompletného ovladacieho, analytického
a vyhodnocovacieho softvéru.

Minimalne technické parametre:

Zariadenie musi umozriovat automatizovanu kvalitativnu aj kvantitativnu analyzu XPS/UPS vratane uhlovo
zavislej XPS, ako aj metddy ISS/REELS a spifiat nasledovné poziadavky a parametre a byt vybavené
nasledovne:
- analyticka komora z Ni-Fe zliatiny s moznostou automatického vypekania komory bez dodato¢ného
magnetického tienenia z p-zliatiny,
- prechodova komoérka (load lock) na rychle vkladanie vzoriek do komory bez narusenia
ultravysokého vakua,
- vymenitelné drziaky na vzorky s vyuZitelnou plochou drZiakov vzorky 60 x 60 mm az do hrubky
vzorky do 20 mm,
- drziak na vzorky s mozZnostou naloZenia elektrického napatia (sample bias module),
- plne motorizovany manipulator drziaka vzoriek v 4 osiach (3 osi a kontinudlna azimutalna rotécia),



minimalne 3 digitdlne kamery na pozorovanie plochy drZiaka na lokalizaciu vzoriek, detailov
jednotlivych vzoriek na vyhladdvanie miesta analyzy a nastavenie vysky vzorky,

monochromaticky RTG zdroj s moznostou kontroly priemeru lG¢a v rozsahu minimalne 10 —400 um
s nastavitelnym krokom 5 um a intenzitou signalu na Ag 3d5/2 v $tandardnom reZime minimalne
4 000 000 cps pre velkost bodu 400 um merané po odstraneni linedrne extrapolovaného signalu
pozadia pri priemere lUca,

dualny (nizkoenergetické idny aj elektréony) systém kompenzacie ndboja nevodivych vzoriek,
automaticky optimalizované idnové delo schopné pracovat v reZime idnov s energiou i6nov
v rozsahu minimalne 0,5 - 4 keV a idnovych klastrov v rozsahu energii minimalne 2 - 8 keV,
program iénového dela musi podporovat automatickd funkciu ,,degas” a procedury kondicionacie
filamentu dela,

180° hemisféricky analyzdtor s minimalne 128-kandlovym detektorom fotoelektréonov a UPS
v povrchovych médoch (bod, &iara, plocha, aj mapovanie) aj v hibkovom profile,

rozliSenie XPS analyzatora (Sirka piku v polovici jeho vysky - FWHM) musi byt pre Ag 3d5/2 lepsie
ako 0,5 eV,

detektor musi umozriovat tzv. paralelné snapshot médy, umoziiujlce rychly zber dat,
automatizovana kalibrdcia nastavenia a optimalizacia velkosti RTG Iu¢a, oboch médov idnového
dela, kompenzacného dela, optimalizacia detektora, elektrdnovych Sosoviek, nastavenie iénového
dela, transmisné funkcie a linearity energetickej osi,

systém musi mat automatické funkcie kontroly vakua a napustania plynov, presunu a vysky vzoriek,
zberu udajov, ako aj programové vybavenie na automatizovanu kvalitativhu aj kvantitativnu
analyzu vSetkych typov nameranych spektier,

datovy systém musi obsahovat integrovany a interaktivny systém vyhodnocovania spektier
s interpretacnou databazou, tento systém musi byt priamo prepojeny s XPS datovymi sibormi pre
rychlu identifikaciu, fitovanie, prekryv a Statistické spracovanie napr. metddami inymi ako metddou
najmensich Stvorcov,

spektrometer musi byt vybaveny a dodany so systémom pre meranie metddou ultrafialovej
fotoelektronovej spektrometrie - UPS,

sucastou systému musi byt plynovy zdroj vybojov pracujici so vzacnym plynom,

vietky funkcie aoperacné parametre , diferencidlne cerpanie, vSetky manipuldcie s plynom
a riadenie funkcii UV zdroja musia byt automatizované, t. j. musia byt plne kontrolované a riadené
datovym systémom a byt plne pouzitelné aj pocas komplexnych experimentov ako je hibkové
profilovanie,

Standardné operacné funkcie musia byt nakonfigurovatelné pre pouZitie Hélia (He) so zhrnutim
funkcii v riadiacom datovom systéme, ako je napr. Start lampy a praca v médoch He (1) alebo He (ll),
zariadenie musi byt vybavené modulmi s naklonom na uhlovo zavisli XPS, modulom s moZnostou
predpatia, vlastnym uzavretym chladiacim systémom a chemicky odolnou pred pumpou,

sucastou dodavky musi byt zodpovedajica riadiaca jednotka s operaénym systémom
a programovym vybavenim na meranie, spracovanie a kompletné vyhodnotenie merani,

Sucastou dodavky je pozadovany Startovaci balik spotrebného materialu definovaného vyrobcom

pre cely systém nevyhnutny pre inStalaciu zariadenia a uvedenia do beznej laboratdrne;j
prevadzky, minimalne vSak standardy nevyhnutné pre kalibraciu systému tak aby mohli byt
deklarované vykonnostné parametre pri instalacii na Cistej vzorke Ag, a to nasledovne - intenzita
(pocet pulzov za sekundu) = 1 Mcps, pri rozliseni na Fermiho hrane < 100 meV (rozlisenie je
definované ako rozdiel energii medzi bodmi s intenzitou 20 % a 80 % maximalnej hodnoty
intenzity pod Fermiho hladinou).

0.H1.P54 Odparovaci detektor s rozptylom svetla ku kvapalinovej chromatografii so softwarom (1 ks)

Minimalne technické parametre:

nizkoteplotny odparovaci (ELS) detektor, pracujuci v rozmedzi teplét od okolitej teploty do 100 °C,
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detektor musi byt plne kompatibilny s existujicim HPLC systémom, ktory zahffa kvartérnu pumpu
model Infinity 1260 spoloc¢nosti Agilent a software Clarity od firmy DataApex,

detektor musi umoznovat pracu za sicasného pouZitia DAD detektora pre lepsiu charakterizaciu
pripravenych funkénych (ko)polymérov a organickych zlic¢enin po ich separdcii na HPLC koldnach,
detektor musi pracovat v rozmedzi teplot od okolitej teploty do 100 °C pri prietoku eluentu
minimalne v rozsahu od 200 pl/min az 2 ml/min,

detektor musi pouzivat ako nosny plyn vzduch s prietokom mensim ako 3 |/min,

citlivost detektora musi byt lepsia ako 5 ng,

moznost riadenia detektora existujicim programom Clarity, mozZnost riadenia priamo pomocou
kldvesnice na detektore, detektor musi mat analdgovy vystup,

stcastou dodavky detektora musi byt programové vybavenie pre riadenie detektora.

0.H1.P55 Detektor diddového pola s absorpciou v UV-vis oblasti ku kvapalinovej chromatografii (1 ks)

Minimalne technické parametre:

detektor diédového pola s rozsahom vinovych di?ok minimalne v rozsahu 190 — 1000 nm,

pocet diéd minimalne 1 024,

rychlost zberu dat minimalne 100 Hz,

prietokova analyticka cela s optickou drahou 10 mm a objemom maximalne 10 mikrolitrov, ktora
bude umoznovat pracu aZ do tlaku 300 bar,

maximalna rychlost prietoku: 20 ml/min,

detektor musi byt samostatne stojaci,

detektor musi umoznovat ovladanie pomocou mobilného tabletu,

moznost riadenia detektora existujucim programom Clarity.

0.H1.P56 Multidetekény mikroplatnickovy citac (1 ks)

Minimalne technické parametre:

pozadované detekéné mady: absorbancia, fluorescencia, luminiscencia (celkovd, filtrovana),
fluorescencia s ¢asovym rozliSenim, flourescenéna polarizacia,

dualny systém s dualnymi monochromatormi a detektormi,

monochromator 230 — 999 nm pre UV/Vis detekciu absorbancie, nastavite/ny minimalne s krokom
1 nm Sirka pasu maximalne 4 nm,

monochromator pre fluorescenciu v rozsahu 200 - 700 nm rozliSenie pre fluorescein: 1 pM,

zdroj: Xendnova flash lampa,

musi umoznovat pracu minimalne s 6, 12, 24, 48, 96 a 384 jamkovymi platni¢kami, s moznostou
temperovania v rozsahu tepl6t minimalne od +4 °C do +45 °C,

pozadovany dynamicky rozsah minimalne od 0,000 azZ 4,000 Abs,

moznost merania luminiscencie v rozsahu 300 -700 nm,

poZadované trepanie mikroplatnicky

systém musi umoznovat jednoduché programovanie a ovladanie cez programové vybavenie,
sucastou dodavky musi byt aj ovladaci systém pre meranie a vyhodnocovanie dat.

0.H1.P57 Hmotnostny cytometer so zobrazovacim systémom (1 ks)

Minimalne technické parametre:

Systém vyuzivajuci idnovy zdroj na bdaze indukéne viazanej plazmy s volne beZiacim generdtorom
radiofrekvencného (RF) elektromagnetického pola a's rozhranim s vyvadzenou indukénou cievkou, alebo
systém s ekvivalentnym technickym rieSenim poskytujicim rovnaké alebo lepsie UzZitkové, prevadzkové,
funkéné charakteristiky. Systém pozostdva z hmotnostného cytometra vratane chladic¢a a zobrazovacieho
systému.

Hmotnostny cytometer musi mat:
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aspon 5-stupnfovy vakuovy systém s aspon 2-stupfiovym rozhranim plazma-vakuum a s TOF (time
of flight) turbo pumpou alebo ekvivalentné technické riesenie poskytujice rovnaké alebo lepsie
uzitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky,

ionovo-neutrdlny oddelovaci idnovy deflektor, vysoko-priepustnd idnovu optiku a bodovo-
paralelny (point-to-parallel) zaostrovaci systém SoSoviek alebo ekvivalentné technické riesenie
poskytujuce rovnaké alebo lepsie Uzitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky,

ortogonadlny TOF hmotnostny analyzator prevadzkovany pri cyklusovej frekvencii aspon
75 000 spektier/sekundu a idnovy detektor s diskrétnymi dynédami alebo ekvivalentné technické
rieSenie poskytujluce rovnaké alebo lepsie Uzitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky,
detekény systém zaloZeny na dudlnom digitalizatore s rozliSenim aspon 8-bit a vzorkovacou
rychlostou aspon 1 GS/s alebo ekvivalentné technické rieSenie poskytujice rovnaké alebo lepsie
uzitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky,

priamu vzorkovld komoru pre bunkové testy alebo ekvivalentné technické rieSenie poskytujlce
rovnaké alebo lepsie Uzitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky,

mikrokoncentricky rozprasovac alebo ekvivalentné technické rieSenie poskytujuce rovnaké alebo
lepsie uzitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky,

automaticky pneumaticky vklada¢ vzorky (loader) alebo ekvivalentné technické rieSenie
poskytujuce rovnaké alebo lepSie UzZitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky,

automaticku optimalizacnu funkciu ovladania pristroja a spracovania dat.

Specifikdcia modulu hmotnostny cytometer:

pocet kandlov - aspon 135,

hmotnostny rozsah - aspon v rozsahu od 75 az 209 amu,

citlivost pre relativne zastupenie - aspori 0.3 % pre **°Tb,

odozva zariadenia - aspofi 600 000 countov/pg *°Tb,

detekény limit - aspori 350 protilatok/bunka,

dynamicky rozsah - aspon 4.5 radov,

kalibracia — automatizovana,

ulozisko dat s kapacitou aspon 7,2 TB RAID (zrkadlené),

vkladac vzorky - automaticky pneumaticky vkladac vzorky s miesanim, moznost pouZitia skimaviek
do objemu aspon 5 ml,

maximalny vykon - aspofi 2 000 udalosti/s,

prietok - aspon v rozsahu od 30 az 45 pl/min,

reprodukovatelnost (CV opakovanej normalizovanej vzorky) — maximalne do 3 %,

autosampler - moznost nardbania aspofi s tromi 96-jamkovymi platnickami az po format
hibokojamkovych platniciek s objemom jamiek aspon do 2 ml, 2-pozi¢ny 9-portovy automatizovany
ventil pre simultanne nastavenie preplachnovanie vzorkou, nastavitelny objem vzorky v rozsahu
aspon od 50 az 900 pl.

Specifikacia modulu zobrazovaci systém:

frekvencia - aspofi 200 pixelov/s,

detekény limit > 400 képii/pum?,

dynamicky rozsah - aspon 4 rady,

kalibracia — automatizovana,

plocha skenovania —aspofi 1 mm? (za 2 h pri 200 Hz),

presluch medzi pixlami — maximalne 15 % pri 200 pixloch/s,

optické zobrazenie vzorky — plocha v velkostou aspofi 250 pm x 250 um,

stcastou systému musi byt riadiaca jednotka s operaénym systémom a UloZiskom dat s kapacitou
aspon 7,2 TB RAID (zrkadlené) alebo ekvivalentné technické rieSenie poskytujuce rovnaké alebo
lepsie UZitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky.

0.H1.P58 Termicky analyzator s IR a GCMS (1 ks)
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Systém pozostavajici zo simultannej termickej analyzy v mdédoch TG-DTA/DSC v kombinacii s analyzou
rozkladnych produktov pomocou infradervenej a hmotnostnej spektroskopie. Zostava je potrebna pre
studium fyzikdlnych vlastnosti a termickej stability funkénych polymérov, hybridnych materidlov
a kompozitov. Kombindcia tychto metodik umozni i kvantitativnhu a kvalitativnhu analyzu organického
a polymérneho obalu naviazaného na povrch nanocastic.

Zostava musi obsahovat:

1 ks simultanny termicky analyzator TG-DTA/DSC,

1 ks FTIR spektrometer,

1 ks plynovy chromatograf s hmotnostnym spektrometrom,
1 ks vyhrievané prepojenie pristrojov,

2 ks riadiace PC k pristrojom.

Minimalne technické parametre:

1. TG-DTA/DSC termicky analyzator:

- pozadovany je pristroj schopny vykonavat simultannu termickd analyzu v médoch TG-DTA/DSC,

- sucastou musi byt externé chladiace prislusenstvo umoziujlce analyzu pod teplotu okolia; teplotny
rozsah minimalne: od -20 °C do 1 000 °Cv intervale rychlosti od 0,1 az 100 °C/min,

- ovladanie teploty musi byt pomocou kompaktnej piecky zabezpecujlcej spolahlivé vysledky; rychle
chladenie piecky — ochladenie z 1 000 °C na 100 °C pod 10 min,

- sUcastou musi byt autosampler poskytujici minimalne 45 pozicii pre umiestnenie vzoriek pre rychlu
a bezobsluznu produktivitu,

- systém musi mat zabudovany mass-flow controller alebo ekvivalent,

- rovnako musi mat zabudovany prepinac pouzivanych plynov,

- rozliSenie vah systému lepsie ako 0,2 pg,

- rozsah vah minimalne do 1500 mg,

- presnost vah: £0,02 %,

- presnost nastavenia teploty: < 0,5 °C,

- opakovatelnost teploty: < 0,5 °C,

- kalorimetricka presnost: 2 %,

- vzorkovnice z Al s objemom 180 pL,

- systém musi byt vybaveny termocélankom: PT-PT/Rh,

- systém musi mat moinost pripojenia hmotnostného spektrometra alebo IC spektrometra pre
efektivne charakterizovanie vzoriek pomocou vyhrievanej transfer line do 350 °C,

- systém musi byt dodany so zakladnym Startovacim balikom spotrebného materialu umoziujicim
pilotnd prevadzku a ndhradnym senzorom,

- sudéastou dodavky musi byt komplexny programovy balik s moZnostou spracovania tdajov termicke;j
analyzy, zobrazenia merani v redlnom c¢ase, schopnostou ovladat viacero pristrojov simultanne,
moznostou zobrazenia viacerych setov réznych dat vjednom subore, moZnostou ovladania
pomocou vzdialenej plochy, import akychkolvek x-y dat, moZnostou rychlej optimalizacie metdd
a kalibracie, vytvaranie prehladnych reportov.

2. FTIR spektrometer:

- FTIR spektrometer musi byt vybaveny rotaénym interferometrom, ktory poskytuje vlastni odolnost
proti sklonu zrkadla a nevyZaduje Ziadne dynamické zarovnanie skenovacieho zrkadla; pristroj musi
obsahovat systém atmosférickej kompenzacie pre odstranenie vplyvu CO; a H,O0,

- systém musi byt uzavrety a utesneny KBr optickou jednotkou pokryvajicou spektralny rozsah
8300-350cm?,

- presnost vinovych dizok: +0,1cm™ pri 1 600 cm™?,

- pomer signal Sum: 10 000:1,

- systém musi obsahovat zédkladnu procesorovu dosku izolovanu vodi vibraciam,

- systém musi obsahovat kinematicky namontovanu optiku s nulovym zarovnanim,

- zdroj zZiarenia musi byt uzivatelom vymenitelny,

- MIR zdroj musi byt preddefinovane zarovnany a musi obsahovat elektronicku stabilizaciu,
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sucastou pristroja musi byt set zakladnych filtrov pre vykonanie overenia vykonnosti pristroja,
systém musi umozriovat automaticky zber dat hned po umiestneni vzorky,

systém musi byt vybaveny displejom zobrazujicim aktualny status pristroja,

sucastou musi byt programové vybavenie, ktoré umozriuje nastavenie parametrov pristroja
a ovladanie jeho funkcii, automatické rozpoznanie pripojeného vzorkovacieho prislusenstva, zber
a vyhodnotenie nameranych dat, matematické a aritmetické operacie s nameranymi datami,
porovnavanie spektier, Lambert-Beerov zakon, vytvaranie reportov a iné.

3. Plynovy chromatograf s hmotnostnym spektrometrom s moznostou priamej analyzy nezavisle od TG-
DSC/DTA

plne automatizovany plynovy chromatograf s moZnostou nastavenia a monitorovania funkcii
pomocou dotykového displeja,

teplotny rozsah: od 10 °C nad teplotou okolia do 450 °C,

systém musi mat moznost programovo nastavit teplotu piecky,

systém musi mat moznost elektronického ovladania prietokov s moznostou balistického chladenie
450 °C na 50 °C za menej ako 2 min alebo ekvivalentnej funkcie,

systém musi mat mikroprocesorom kontrolované teplotné a ¢asové funkcie,

systém musi mat teplotné programovanie piecky: od 0,0 "C/min az +160,0 °C/min s krokom 0,1 °C,
systém musi mat moznost volby nastavenia prietoku v ml/min, psig, alebo v kPa alebo v cm/s,
systém musi mat moznost automatickej kontroly netesnosti,

systém musi mat predpripravu pre pripojenie MS detektora,

systém musi mat predpripravu pre pripojenie dalsieho injektora a detektora,

sucastou dodavky musi byt zakladny balik spotrebného materialu,

MS spektrometer pracujuci na principe elektronovoimpaktnej ionizacie,

systém musi byt vybaveny vzduchom chladenou vakuovou turbomolekuldrnou pumpou s kapacitou
225 L/s,

systém musi byt vybaveny zdrojom ionizacie s jednoduchym pristupom a tdrzbou,

pozadovana citlivost detektora — pomer signal sum: 800:1 (pre Standard 1 pg oktafluoronaftalénu
v celom spektralnom rozsahu),

pozadovany spektralny rozsah: 1 —1 200 u s rozliSenim 0,5 m/z,

pozadované su metddy zberu dat SIM, tSIM vratane celkového skenu a moZnosti monitorovania
vyberu idnov,

pozadovana variabilna rychlost zberu dat: do 12 500 amu/s,

systém musi byt vybaveny ovladacim softwarom umozriujuci zber a analyzu dat, ich spracovanie do
reportov a vyhladavanie v knizniciach,

systém musi umozniovat dodato¢nd moznost doinstalovania kniznic NIST, Willey.

4. Prepojenie systémov TG-DTA/DCS — IR — GCMS:

systém musi obsahovat interface umoznujuci prenos plynnych latok uvolnenych pocas termickej
analyzy do FTIR a ich nasledny transfer do plynového chromatografu,
systém musi obsahovat jednotku pre automatické zacatie zberu IC dat,
poZadované je zabezpecenie konstantného prietoku plynu cez vietky prepojené systému, tak aby
bolo mozné ziskat ¢asovo rozlisené piky,
sucastou riadiacej jednotky musi byt mass flow controller alebo ekvivalent, filtre ¢astic a nezavislé
teplotné riadenie transfer line a plynovej cely; adaptér pre pripojenie GCMS alebo MS,
systém musi byt vybaveny vakuovou pumpou; teplotny rozsah: 50 — 350 °C,
pozadovana je plynova cela

O rozsah prietokov plynovej cely: 10 — 200 ml/min,

o dizka optickej drahy IG¢a v plynovej cele do 100 mm,
sucastou dodavky musia byt dve riadiace jednotky s programovym vybavenim pre kontrolu
systému, zber a archivaciu dat
sucastou dodavky je pozadovany Startovaci balik spotrebného materialu definovaného vyrobcom
pre cely systém nevyhnutny pre instalaciu zariadenia a uvedenia do beznej laboratérnej prevadzky
ato minimdlne Standardnd testovacie koléna pre GCMS systém pre separaciu zdkladnych
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uhlovodikov o miniméalnej dizke 10m, priemere min. 0,25-0,53mm a hribke stacionarnej fazy
min. 0,1um, a Standard polystyrénovej félie pre FTIR systém.

0.H1.P59 Systém pre analyzu ICP (1 ks)
Systém na analyzy pomocou indukéne viazanej plazmy a optického emisného spektrometra chemického
zloZenia vzoriek materidlov, najma zliatin kovov, intermetalickych zlucenin, keramik a pod. obsahujucich
sucasne viaceré prvky s protdnovym cislom od 3 (litium) minimalne po 83 (bizmut).
Minimalne technické parametre:
- schopnost analyzovat koncentraciu prvkov s proténovym cislom od 3 (litium) minimalne po
83 (bizmut),
- detekény limit pre analyzované prvky: minimalne 1 mikrogram/liter standardu prvku v zriedenom
vodnom roztoku,
- schopnost merat sicasne v jednej vzorke vysoké a nizke koncentracie viacerych prvkov,
- spotreba nosného plynu pre vznik plazmy (argdén) pocas merania maximalne 15 |/min,
- Uplna elektronicka kontrola vsetkych prevadzkovych plynov, tzv. MassFlowGasControl (MFC) alebo
ekvivalentna,
- musi byt vybaveny externou chladiacou jednotkou,
- temperovanie optiky s presnostou temperacie +0,1 °C (a lepSou),
- poziadavka na dynamicky rozsah merania —minimalne 8 radov.
RF generator
- pristroj musi byt vybaveny 27,12 MHz RF generatorom s nastavenim vykonu min. od 0,75 do
1,35 kW s krokom nastavenia po maximalne 30 W,
- ucinnost prenosu vykonu do plazmy minimalne 75 % (pre merania tazkych matric, ako napr.
zasolené roztoky do viac ako 20 % zasolenia, 100 % metanol a pod.).
Plazma
- dualne snimanie plazmy — axialny aj radialny,
- softvérové zapinanie plazmy,
- plazmovy horak musi byt uZzivatelsky vymenitelny.
Kontrola plynov
- musi byt plne riadena pomocou PC,
- nebulizer (rozprasovaci) plyn musi byt nastavitelny od 0 do 1,5 L/min s krokom 0,01 L/min,
- auxiliary (pomocny) plyn nastavitelny v krokoch od 0 do 1,5 L/min.
Opticky systém
- Eschellecross — disperzny systém s optickym usporiadanim hranolu a mriezky tzv. ,side by side”
alebo ekvivalent,
- opticka dizka: maximalne 400 mm,
- spektrélna Sirka: 7 pm pri 200 nm, 3,5 pm /pixel,
- kontinudlne meranie v rozsahu vinovych di?ok pozadovany rozsah minimalne 167 — 845 nm,
- temperovanie optiky s presnostou temperacie +0,1 °C (a lepSou),
- opticky systém musi byt preplachovany argénom alebo dusikom.
Detektor
- polovodicovy CID detektor (Chargelnjection Device) chladeny peltierovym ¢lankom na -40 °C
a nizsiu teplotu umoznujuci nedestruktivne Citanie signdlu alebo ekvivalent,
- beztzv. ,blooming efektu” (prelievanie naboja z pixelu na pixel),
- simultdnne snimanie celého spektra.
Zhmlovaci systém
- zadkladnd vybava — sklenena cyklonicka zhmlovacia komora, skleneny koncentricky nebulizér-
zhmlovac a plazmova (demontovatelna) hlavica s 2 mm injektorom,
- 3—kandlova peristaltickd pumpa — softvérovo riadend, ktora umoziuje softvérovo riadené on-line
davkovanie interného Standardu,
- moznost volby $pecidlnych kitov s vysokou chemickou odolnostou pre zavadzanie jednotlivych
typov vzorky — vodné roztoky, zasolené roztoky, vzorky v HF, organické vzorky a velmi prchavé
organické vzorky, vymena jednotlivych kitov musi byt jednoducha, vykonatelna uzivatefom.
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Programové vybavenie pre riadenie systému

musi umozriovat jednoduché ovladanie pristroja, zapnutie plazmy, nastavenie ddleZitych
parametrov a ich sledovanie v redlnom Case,

musi umoznovat nastavenie pristupovych prav rbéznej Urovne, pre spravcu, uzivatela, auditora
a pod.,

musi umoznovat rozne kalibracie, pracu s celymi spektrami, post vyhodnotenie jednotlivych
vysekov detektora (sub-array) i post vyhodnotenie celého spektra, vratane zmeny kalibracného
algoritmu, maskovania replik aj celych vysledkov,

musi obsahovat kniznicu ¢iar min. 55 000 ¢iar, upozoriiujlci uzivatela na mozné interferencie pre
jednotlivé diar,

musi umoziovat jednoduchy export dat k dalSiemu spracovaniu v obvyklych tabulkovych
procesoroch i po sieti do iného PC,

musi umoznovat automaticky optimalizaciu signalu podla zvoleného kritéria, polynomickl aj
manuadlnu korekciu pozadia, retrospektivnu editaciu korekcie pozadia a bezkalibracnu spektralnu
dekonvoluciu a jej metodické uloZenie a opatovné vyvolanie,

musi umoznovat jednoduchu a intuitivnu tvorbu metdd.

Ekonomika prevadzky

spotreba chladiaceho plynu mensia ako 15 I/min,

spotreba plynu na preplach optiky — mensia ako 2,5 |/min,

nebulizer (rozprasovaci) plyn musi byt nastavitelny od 0 do 1,5 L/min s krokom 0,01 |/min,
auxiliary (pomocny) plyn nastavitelny v krokoch od 0 do 1,5 I/min,

rychlost analyzy — doba analyzy jednej vzorky pri viacprvkovej analyze, pri 3 opakovaniach
v zavislosti od nastavenia pristroja v rozpati 35 az 90 sekund.

Autosampler

k zariadeniu musi byt pripojitelny automaticky davkovac vzoriek a standardov o kapacite minimalne
220 pozicii pre vzorky (objemu minimalne 12 ml) a minimalne 8 pozicii pre Standardy,
autosampler musi byt ovladany softvérom a musi umozriovat nezdvislé nastavenie parametrov
davkovania pre kazdu vzorku, ako st davkovaci ¢as a rychlost pumpy,

autosampler musi umozniovat automatické premyvanie nasavacej sondy a zmenu rychlosti
peristaltickej pumpy v priebehu premyvania.

Mikrovinny rozklad vzoriek
Zdroj

vykon minimdlne 2 000 W,
kmitocet minimalne 2 450 MHz,
ovladanie vykonu: volitelné nepretrzite pocas rozkladu v rozsahu 0-100 %,

Konstrukcia

min. objem 26 |,

kruhovd mikrovinnd rdra na rovnomerné rozlozenie mikrovin a rovnomerné zahrievanie
vsetkych vzoriek,

povrch minimalne90 um PFA (vypalovany pri najmenej 350°C),

kontrolna/ovladacia jednotka s minimalne 7 palcovym farebny dotykovy displej,

Meranie tlaku

senzor na individudlne meranie tlaku aspon v jednej rozkladnej nadobe, rozsah merania
0 — 150 bar, presnost lepsia ako 5 bar,

Meranie teploty

teplomer na individudlne meranie teploty aspon v jednej rozkladnej nddobe, rozsah merania
50 - 300 °C, presnost 1 °C pri 200 °C,
OTC na meranie teploty povrchu nddoby aspon v jednej rozkladnej nadobe,

Material patron/nadob

TFMTM , PTFE, kremen, PFA,
objem nddob v rozsahu 40-100 ml,
moznost pouZitia az 24 nadob,
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Komunikacné rozhranie

rozhranie RS-232, Ethernet, USB, musi umozZnovat ovlddanie cez mobilné zariadenia
(sledovanie procesu na dialku),
Stél pre umiestnenie zariadenia a prislusenstva (podla velkosti zariadenia),
Sucastou dodavky je pozadovany Startovaci balik spotrebného materidlu definovaného vyrobcom
pre cely systém nevyhnutny pre instaldciu zariadenia a uvedenia do beZnej laboratdrnej prevadzky,
vratane zdsobnych roztokov kalibra¢nych Standardov prvkov na koncentra¢nej Grovni 20ppm.

0.H1.P61 Plosny RTG detektor (1 ks)

Plosny RTG detektor kompatibilny z hladiska ovladania a vystupného signdlu so softvérom riadiacim
existujuci difraktometer znacky Bruker, typ D8 Advance.

Minimalne technické parametre:

plosny detektor RTG detektor plne funkéne a technicky kompatibilny z hladiska ovladania
a vystupného signdlu so softvérom riadiacim existujuci difraktometer znacky Bruker, typ D8
Advance,

musi umozniovat zber dat v takom formate, ktory je kompatibilny s vyhodnocovacim softvérom
vyrobcu difraktometra (Bruker, typ D8 Advance), pripadne s jeho inovovanou verziou,

SW musi umozniovat vyhodnocovanie typu Search-matc s priamym vkladanim prvkov spolu
s najnovSou databazou znamych krystalografickych Struktur

simultanna plosna detekcia RTG Ziarenia s rozliSenim viac ako 2 000 x 2 000 pixelov,

plocha detektora viac ako 15 000 mm?,

priemer okna pre dopadajlce Ziarenie minimalne 140 mm, pracovna vzdialenost detektora od
vzorky minimalne 5 cm,

sledovanie detegovanych zdznamov v redlnom case,

schopnost spracovat energiu dopadajucich foténov v intervale aspon 3 az 15 keV s celkovou
intenzitou priblizne do 1 miliéna fotonov/sekundu, s intenzitou nie menej ako
250 000 impulzov/sekundu na pixel a celkovym Sumom (pozadim) pod 5 impulzov/sekundu,
prevadzka detektora bez potreby externého dochladzovania a pouZitia kontinualneho prietoku
zhasacieho plynu.
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POZIADAVKA NA UVEDENIE KONKRETNYCH NAVRHOVANYCH PRISTROJOV A ZARIADENI (v rozsahu
a zlozeni podla Prilohy ¢. 8 k sutaznym podkladom)

Uchadzac v ponuke uvedie nim navrhované typy pristrojov a zariadeni, ktoré verejny obstaravatel poZaduje
na ucely realizacie vedeckého vyskumu podla technickych Specifikacii jednotlivych pristrojov a zariadeni
uvedenych v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov s uvedenim konkrétneho typu
pristroja, resp. zariadenia, vyrobcu a parametrov pristroja, resp. zariadenia v rozsahu a zloZzeni podla Prilohy
¢. 8 (Navrhované typy zariadeni) k sitaznym podkladom.

Ak uchadzac v priebehu procesu verejného obstaravania preukaze, Zze nim navrhovany pristroj, resp.
zariadenie sa medzi¢asom prestalo vyrabat, uchadzac ho nahradi pristrojom, resp. zariadenim s rovnakymi
alebo lepsimi parametrami bez dopadu na navrhnutd cenu poévodne navrhnutého pristroja, resp.
zariadenia.

Verejny obstaravatel poskytne Uspesnému uchadzacovi preddavky vo vyske 60 % ponukovej ceny na tieto
vybrané pristroje a zariadenia:

1. ¢éast Technologicky celok pre pripravu vzoriek materialov

0.H1.P63 Zariadenie na nandsanie tenkych vrstiev na Castice

0.H1.P78 Zariadenie pre vstrekovacie tvarovanie

0.H1.P81 Zariadenie pre leStenie a pokrytie vzoriek pre zobrazovacie a analytické techniky SEM
0.H1.P90 Rotacna kovacka

0.H1.P92 Valcovacia stolica na valcovanie za studena

0.H1.P93 Teplotna komora s reguldtorom a prislusenstvom pre skusky tahom/tlakom pre trhaci stroj
0.H1.P94 Zostava laboratérnych miesSadiel kovovych a keramickych praskov s prislusenstvom
0.H1.P97 Systém elektrostatického zvldkfiovania pre pripravu nanovlakien

0.H1.P98 Tlakovy strednoskalovy reaktor do 60 Bar

2. ¢ast Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materialov

0.H1.P46 Pristroj na meranie d6b Zivota excitovanych stavov typu TCSPC
0.H1.P53 Rontgenovy fotoelektrénovy spektrometer s UPS a klastrovym delom
0.H1.P57 Hmotnostny cytometer so zobrazovacim systémom

0.H1.P61 PloSny RTG detektor

3. &ast Technologicky celok pre sledovanie fyzikalno-chemickych vlastnosti materidlov

0.H1.P10 Vakuovatelny tribometer

0.H1.P22 Upgrade zariadenia Hysitron TI 750 o XPM (kontroler Performech Il a prislusenstvo)
0.H1.P32 RHEED systém s prislusenstvom pre PLD, upgrade systému MBE/PLD-2000
0.H1.P33 Skenovaci sondovy mikroskop

4, ¢ast Technologicky celok pre $pecialne spracovanie materialov

0.H1.P1 Hybridny Ziarovy lis kombinovany s technoldgiou spekania v elektrickom poli
0.H1.P2 Vysokoteplotna pec na pripravu materidlov na baze oxidov

0.H1.P3 Vertikalna trubicova pec s riadenou atmosférou

0.H1.P4 Vysokoteplotna negrafitova vakuova pec s odporovym ohrevom

0.H1.P5 Zariadenie pre 3D tlac keramickych suciastok

0.H1.P6 SDT pec

0.H1.P12 Zdroj striedavého pridu 200V-200A
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0.H1.P65 Chladiaci systém, upgrade existujuceho systému Sumitomo RDK 408D2

Verejny obstaravatel poZaduje v suvislosti s doddvkou pristrojového vybavenia
- inStaldciu pristrojového vybavenia, ak je tato instalacia v zmysle predpisov vyrobcu jednotlivych
pristrojov a zariadeni potrebna,
- overenie funkénosti jednotlivych pristrojov a zariadeni,
- zaSkolenie persondlu verejného obstaravatela,
- zarucny servis pocas zarucnej doby.

Vsetky dalsie poziadavky na technické zabezpeclenie zdkazky suvisiace s plnenim a zadvazkovopravne vztahy
st upravené v navrhoch zmlav k jednotlivym ¢astiam zakazky, ktoré st neoddelitelnou stcastou stutaznych
podkladov.
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Navrhovane typy zariadeni

Priloha 8

Predmet zakazky: Pristrojové vybavenie pre vyskumné centrum pre vyuzitie pokroéilych materialov SAV

2. cast’ Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materialov

UPOZORNENIE: Uchédzac vyplia tdaje len do bielych polil

0.H1.P37 Vakuovatefny FTIR spekirometer

Typ zariadenia alebo vyvojovd rada:

VERTEX 80v

Vyrobca zariadenia:

BRUKER OPTIK GMBH

Pararetre ponikaného zariadenia.

PoZadované funkcné a lechnické paramelre zariadenia: (ANO-NIEhodnota parametra):
Spektrometer FTIR na optickt analyzu vzoriek v $irokom rozsahu vinovych dizok s pine vakuovanou
optikou pracujticou pri nizkom tlaku s moZnostou éerpat oddelene vzorkovaci priestor od priestoru s ANO
uloZenym interferometrom na merania v plnom spektralnom rozsahu bez nutnosti manualnej vymeny
optickych komponentov.
spektrometer s pine vakuovanou optikou pracujicou pri tlaku niZSom neZ 3 hPa, moZnost ¢erpat ANO
oddelene vzorkovaci priestor od priestoru s uloZenym interferometrom
AN,

spektralny rozsah 10 — 50 000 em™, spektralne rozlienie lepsie nez 0,2 cm”, vino&tova presnost: 0,005
cm’ (pri 2 000 cm™), S/N pomer 60 000: 1 (1 min, peak-to-peak)

spektralny rozsah rozsiritelny na 5-
B0 000 om 1 razliSenirnzdifiteind na |

spektrometer musi umozZriovat meranie v plnom spekiralnom rozsahu bez nutnosti manualnej vymeny
optickych komponentov

ANO, automatické prepinanie zdrojov
Ziarenia, detektorov a delicov lica

interferometer s automatickou justaciou, pohyb zrkadla interferometra zaisteny mechanizmom bez
trenia, deli¢e zvazku pre interferometer pre spektralne oblasti FIR, MIR a NIR/VIS/UV, poéitacom
riadeny meni¢ deli¢a zvazku s minimalne styrmi poziciami na rychlu vymenu bez porusenia vakua

AN, TTIETTETOTTTETT UThdotdIT o
pohybom zrkadla na vzduchovom
podioZke s automatickym meniéom

dalison inso

zdroje zZiarenia pre spekiralne oblasti FIR, MIR a NIRVIS/UV

ANO

detektory: RT DLaTGS pre FIR oblast, He chiadeny Si-Bolometer pre FIR oblast
(rozsah 650 — 10 cm™"), RT DLaTGS pre MIR oblast, N, chladeny MCT pre MIR/NIR oblast, RT InGaAS
pre NIR oblast, Si diéda pre NIR/VIS oblast, GaP diéda pre UV oblast

ANG, ZX MCT Jelektor, jeaen
Standarny medium-band, druhy s
vaésim detektorovym elementom pro

citliveidi

moznost rychleho skenovania (viac neZ 65 spektier/s pri rozliSeni 16 cm“)

ANO, moznost rozsirenia az na

spektier/s
aspon 2 vstupné porty Ziarenia a aspofi 5 vystupnych portov Ziarenia ANO
automatické rozpoznavanie pripojeného prislusenstva ANO




automaticka kontrola vietkych zakladnych komponentov spektrometra: laser, IC zdroj, detektor

ANO

software na pinu kontrolu vietkych meracich kanalov a metdd, vratane moznosti spracovania
nameranych spektier

ANO
all-in-one software OPUS

Prislusenstvo:

o jednoodrazovy ATR modul s diamantovym ATR kry3talom (diamantovy monoliticky krystal fixovany
mechanicky umoZfiujuci rychlu vymenu) a musi umoZfiovat meranie v rozsahu minimaine od 10 az 10
000 cm™', ATR meracia jednotka s pritlaénym drZiakom na lepsi kontakt vzorky s ATR krystalom,
integracna sféra do vzorkovacieho priestoru, pozlatena, spektralny rozsah v rozmedzi minimalne od 14
000 az 400 cm’, reflexna jednotka s nastavitelnym uhlom minimalne od 13° do 83°, poitatom
nastavite/ny uhol

ANU, JegnooaraZovy ATR moaurs |
diamantovym ATR krystalom

(diamantovy monoliticky krystal
fixovany mechanicky umoznujuci rychlu
vymenu) aumoznuje meranie v rozsahu

10 - 10 000 cm-1, ATR meracia
iadnat ifladnym drsial lengi

o kryostat, chladeny kvapalnym He na umiestnenie do vzorkovacieho priestoru spekirometra,
moznost regulacie teploty, prietoku He, vratane drziaku vzorky a prislusenstva

ANO

0.H1.P38 Rastrovaci FTIR mikroskop pracujici v rezime blizkeho pofa

Typ zarfadenia alebo vyvojovd rada.

NEASNOM

Wrobca zariadenia:

NEASPEC

PoZadované funkéné a fechnické pararmeire zariadenia.

Parameire ponikaného zariadenia:
(ANO-NIE/hodnota parametra):

Rastrovaci FTIR mikroskop umoZriujtici kolokalizaciu morfologie povrchov s ich infraéervenymi
absorpénymi spektrami s priestorovym rozlienim lepSim ako 10-20 nm.

ANO, rozligenie lepsie nez 10-20 nm

systém pracujuci na principe kombinacie techniky AFM a s-SNOM (Scanning Nearfield Optical
Microscopy) s FTIR detekciou

RN, Oy ST IeaoTeom = |
kombinaciou AFM a s-SNOM

5-SNOM musi umoZ2fiovat pracu so vzorkou rozmerov minimalne 40 mm x 50 mm x 15 mm a2 do
hmotnosti 100 g

{E\Ilﬂhﬂ\lﬂﬂ. 1 4 i 3
ANU, AFM umoznuje meraf VZOI'EY [+

rozmeroch az 40 x 50 x 15 mm (X, Y,

rozsah skenovania vzorky musi mat minimalny rozsah 100 pm x 100 pm

A
ANU. oK

pre vizualizaciu vzoriek a lahku identifikaciu oblasti zaujmu musi s-SNOM integrovat' opticky mikroskop
pracujuci vo svetlom poli, na presné snimanie vzorky optické rozliSenie musi byt minimalne 0,8 um
podporované 5 Mpixel vysokorychlostnou CCD kamerou alebo lepSou a zorné pole minimalne 700 um
(diagonalne)

R RS SRR A= O™
ANU. Nea obsanuje opticky

mikroskop ve svetlom poli pre
vizualizaciu vzoriek pre lahku
identifikaciu oblasti zajmu,

e

s-SNOM musi obsahovat' osvetlovaciu jednotku a deteként jednotku s vysokou numerickou aperturou,
ktora podporuje translaéné pohyby vzhladom na opticku os

zahrfiuje osvetlovaciu jednotku ,
dadaliimi inadmatlon = el alisles




s-SNOM musi byt schopny simultdnneho merania amplitidy a fazy v kazdom pixeli s ¢asovym
rozliSenim v milisekundach

ANO. SyStem neasNUM Je vybaveny

"pseudoheterodyne" modulom
rlpml(mp ktory 1imazanie sucasn

musi byt zabezpecena nezavisla detekcia rozptyleného signalu z dvoch stran, minimalne SHG alebo
pruzné&/nepruzna simultdnna detekcia rozptyleného Ziarenia

- QYSIENT TTEASNUNM UTTOZTIU
nezawslu detekciu rozptyleného svetla

systém musi byt vybaveny asymetrickym Michelsonovym interferometrom vhodnym na meranie nano-
FTIR spektroskopie so spektralnym rozlisenim najmenej 7 cm ™

z dvnch ctran _Sn ia idaidlna nrg SHC
ANOU. TNtegrovany aetekcny moaul pre
spektroskopiu blizkého pola je

schopnost pracovat vo viditelnom, blizkom IC, strednom IC, a THz spektralnom rozsahu s jedinou
spolocnou drahou luca (napr. vyZzaduje sa reflexna optika a parabolické zrkadlo pre fokusaciu ltca)

n:mnI:TID Michelsanov interfernmet
ANU. SYSLETNT ITEaSINUINT UMTOZT U

meranie vo V|d|telnych bllzkych

infradarnmanvch fratanianvch

systém s-SNOM musi obsahovat’ minimalne 4 vysokofrekvencéné blokovacie zosilfiovace, minimalne 2
vlastné vstupy ADC na analyzu interného signalu a minimalne 2 vlastné vystupy DAC na analyzu
externého signalu

ANU. SYSIelTl II(:!dDNUIVI LdIIIIIUJe 4
vysokofrekvencné blokovacie
zosilovace: 2 vstupy ADC a 2DAC

wwretiiny nro nozAaviclil analyzi AENM

iluminacny modul na baze parabolického zrkadla s dvomi segmentami s minimalnou optickou apertirou
0,46 a presnostou nastavenia minimélne 10 nm, moZnost' simultdnneho osvetlenia vzorky oboma
segmentami

ANO. Zanrnute parabolicke zrkadlo ma
dva segmenty pre osvetlenie drahy
dvoch lu¢ov, mé Ciselnt amplitudu 0,46
a ie vwhavenv senzarmi s nresnostoll

Siroko-spektralny iluminacny zdroj s minimélnym spektrdlnym rozsahom 650 - 2200 cmta Styrmi QCL
lasermi pre rychle rastrovanie povrchu

ANU. SYSLIENT TIedSNUIVI JE VyDdVveETlly
Sirokopasmovym zdrojom osvetlenia so

snolktrilnum razeaham AEN 2200 om

detekcéna Cast na baze FTIR spektrometra

ANUO. Dbetekcny moaul nanokr '
svstémii neaSNAOM ie zalnZeny na

s-SNOM musi byt vybaveny Sirokopasmovym IR laserom so spektralnym pokrytim najmenej
4,5 - 15 pym a minimalnou Sirkou pasma 700 vinovych Cisel

ANU. TIEdSINUIVI jle vyDaverly
éirokopésmovym Iaserom ktery

vwWrarnla madz

systém musi byt vybaveny preladitelnym QCL zdrojom pre zobrazovacie aplikacie v nanomaterialoch a
na zabezpecenie priameho riadenia vinovej dizky laserovej emisie

1 A5 2
ANU. OSYySLElTl lIEdOI\IUIVI jU VyUd.VUIIy

laditelnym zdrojom QCL (4 Cipy) pre

zohrazovacia anlilkAcia nanamataridlov

systém s-SNOM musi byt vybaveny zobrazovanim na diskrétnych vinovych dizkach

ANO

systém musi obsahovat komponenty: IR detektor, asymetricky interferometer, fokusacné jednotky a
zrkadla) na optimalizaciu integracie medzi laserom a mikroskopom

ANU. OYSLCITT TITAOINUNE ZA4lliTiujc £ 1T\

MCT detektory (jeden pre

cnanlitvraclzaning nanalCTID o indan nra

SNOM s AFM

ANO, systém ma SNOM a AFM funkce

0 s-SNOM musi mat dostatocne velky priestorovy uhol pre fokusaciu optického ziarenia na AFM hrot
(180° horizontélne, 60° vertikalne)

ANU., SYSLEITT TIEASNUIVI TTIA
dostatecne velky priestorovy uhol pre

zanctrania da ACNM <n 1QN0°

o pre efektivnu extrakciu v blizkom poli a potlaenie pozadia musi systém podporovat pri kazdej
polohe AFM hrotu demoduléaciu signalu od 1. az do 5. harmonickej na minimalne 2 nezavislych signaloch
(signal mechanicky / AFM a s-SNOM) simultanne

ANU. Illt?d.ONUIVI pouporIruje
demodul&ciu signdluod 1 - 5
harmonickych pre kazdu poziciu hrotu

[JTal

0 integrované parabolické zrkadlo musi obsahovat motorizovany polohovatelny systém na presné
fokusovanie externého zdroja svetla na AFM hrot, polohovatelny systém musi mat’ minimalny rozsah
4 mmyv X, Y, Z s minimalnou presnostou polohovania < 100 nm vo vSetkych 3 osiach, systém musi mat
prostriedky na uloZenie a obnovenie optimalizovanej polohy parabolického zrkadla

RN eGP OENE DRSS ARG
obsahuje motorizovany pozicionér pre
presné zaostrenie externého zdroja
svetla na hrot AFM. Tento pozicionér

hiide mat' rnzeah A mm v X Y 7 o




o s-SNOM musi byt schopny nekolinearnej fokusacie dvoch zdrojov svetla na AFM hrot

ANU. EaSNON UmozZnuje nemmearnie |
I e et sk i

o s-SNOM musi umoznif jednoducht vymenu vzorky bez ovplyvnenia polohy AFM hrotu,

ANO

o hlava snimacej sondy s-SNOM musi umozriovat motorizované polohovanie v 3 navzajom kolmych
osiach s jednoduchym nastavenim AFM hrotu, rozliSenie polohy hlavy snimacej sondy musi mat’
rozlienie polohovania menej ako 200 nm

ANO. Snimacia hlava sysiemu
neaSNOM umoziuje motoricky pohyb v
3 kolmych osiach s jednoduchym
nastavenim hroty AFM s presnostou

o v pripade elektricky nabitych vzoriek alebo vzoriek s definovanym potencialom musi mat hlava
skenovacej sondy moZnost pripojenia externého potencialu na AFM hrot

ANO

o systém musi podporovat viac vstupov ADC pre korelaéné merania sué¢asne s AFM a optickymi
signalmi v blizkom poli (napr.: fotoprud, fotoluminiscencia)

ANO, az 4 ADC vstupy

o s-SNOM musi podporovat nasledujuce Standardné rezimy AFM: kontaktny méd, tapping mod a
mechanicku topografiu a fazové zobrazenie

ANO

o AFM mikroskop musi spifiat nasledovné parametre: motorizovany pohyb vzorky
s opakovatelnostou lepSou ako 200 nm, piezoscanner s rozsahom minimalne 100x100 pm
a s rozliSenim leps$im ako 0,4 nm (closed-loop) a 0,2 nm (open-loop)

AU, OPaROVAETTOST VaaCsTd TTEZ ZUU |
nm, piezoscanner 100x100 a rozliSenie
0,4 nm (closed loop) a 0,2 nm (open

lnond

stuéastou dodavky musi byt napajaci zdroj, chladi&, riadiaca jednotka s prislusnym programovym
vybavenim na zber dat, ich kompletnu analyzu, vyhodnotenie a archivaciu.

ANO, chladi¢ a PC s kompletnym SW
vybavenim su suéastou dodavky

0.H1.P39 lluminaény modul pre s-SNOM pre FTIR merania v oblasti 2,4 — 4,2 pm

Tvp zariadenia alebo vyvojovd rada.

ICOMNACTN T MODUL PIRE
NEASNOM

Vyrobca zariadenia:

NEASPEC

PoZadované funkcné a fechnické paramelre zaradenia.

Pararmetre pondkaného zariadenia:
(ANO-NIE/hodnota parametra):

iluminaény modul musi mat minimalny rozsah 2.4 aZ 4,2 pm

ANO, 2.4 -4.2 um

podporovana spektralna irka minimalne 1500 cm™’

ANO, 1800 cm-1: 2400 - 4200 cm-1

minimalna opakovacie frekvencia zdroja 50 MHz ANO, 50MHz
minimalny vykon 80 mW ANO, 100 mW
iluminaény modul musi byt kompatibilny so s-SNOM mikroskopom ANO

stabilita zdroja nesmie presiahnut 1 %

ANO, lepsie nez 1 %




0.H1.P40 UHV hmotnostny spekirometer

Typ zariadenia alebo vyvojovd rada:

PRISMAPRO QMG250 M2

Wrobca zariadenia:

PFEIFFER VACUUM

PoZadované funkcné a technické pararmeire zaradenia.

Parametre ponikaného zariadenia.
(ANO-NIE/hodnota parametra):

hmotnostny spekirometer s moZnostou analyzy hmotnostného rozsahu od 1 az 200 amu pre rychlu
identifikaciu zloZenia dosiahnutého vakua

ANO, 1-200 AMU

moznost instalacie na UHV prirubu DIN CF40 ANO, DN40 CF
minimalne dva detektory: Faraday, EM ANO, Faraday + C-SEM
moznost vypekania na minimalne 300 °C ANO, 300 °C

stcastou dodavky musi byt modul s moznostou pripojenia na PC data stanicu prostrednictvom TCP/IP
rozhrania

ANO, Ethemnet - TCP/IP

0.H1.P41 Spektrofluorimeter s ¢asovym rozliSenim

Typ zariadenia alebo vyvofovd rada.

FLS1000-DD-ST

Vyrobca zariadenia:

EDINBURGH INSTRUMENTS

PoZadované funkcné a fechnické paramelre zaraden/a.

Pararmetre ponikaného zariadenia:
(ANO-NIE/hodnota parametra):

Zariadenie pre meranie staticke] a ¢asovorozliSenej fluorescencie v realnom ¢ase.

ANO

meranie statickej fluorescencie v rozsahu UV-VIS-NIR s odstupom signal Sum minimalne 1:30 000
merané na zaklade Ramanovho signalu z vody

ANU, Merarie StaticKe] MUoreSCcencie V|
rozsahu UV-VIS-NIR s odstupom signal
Sum minimalne 1-35 OO0 meranéd na |

systém s vysokou citlivostou pre meranie nizkych koncentracii vzorky, malych objemov vzorky alebo
nizkych kvantitativnych vytazkov vzorky

ANO

spektralny rozsah minimalne 230 nm az 900 nm a vaési

AN, SPERTAINTY T0ZsalT TIane Zou |
nm 22 1000 nm

monochromator typu Czerny-Turner alebo ekvivalent

ANO, Czerny-Turner monochromator

ohniskova vzdialenost: 325 mm (pri pouziti dvojitého monochromatora: 2 x 325 mm)

ANV, o290 THIITT {UOURIE
monachromatare: 2 v 298 mam)

&trbiny: 0 mm - 11 mm, musia byt plne poéitaéom riadené

ANO

presnost nastavenia: +/- 0,2 nm alebo lep3ia

ANUO, F7- U,Z M V ZavIsosil od pouzne]|

mrieZkyv




tasovo-rozli$ené merania s pikosekundovymi excitaénymi lasermi v minimalne troch vinovych diZkach
375 nm, 405 nm, 510 nm pomocou meracej techniky TCSP

ANO, éasovo-rozlisené merania s
pikosekundovymi excitatnymi lasermi v
troch vinovych dizkach 375 nm, 405
nm, 510 nm pomocou meracej techniky

termoelektricky chladeny drZiak vzorky

TCSP
ANO

vykon Xe vybojky minimalne 450 W

ANO, 450W (ozone free)

stuéastou dodavky musi byt modul s prislusnym programovym vybavenim na zber dat, ich kompletnu
analyzu, vyhodnotenie a archivaciu

ANO

0.H1.P42 Integrovany analyzaény modul pre merania fluorescencie a morfolégie povrchov pre Ramanov mikroskop

Typ zariadenia alebo vyvojovd rada:

AT 2 NUoTescencny moaut
intearovatelny « Ramanovskym

Wrobca zariadenia:

WITEC

PoZadované funkcné a technické pararmeire zaradenia.

Parametre ponikaného zariadenia:
(ANO-NIE/hodnota parametra);

Witec.

Integrovany analyzaény modul pre merania fluorescencie a morfologie povrchov pre existujici Ramanov mikroskop typu Alpha 300R, vyrobca

analyza&ny modul musi byt pine funkéne a technicky kompatibilny s Ramanovym mikroskopom typu

nasledovnych meracich médoch: kontakt, LFM, Tapping, dPFM a force-distance

Alpha 300R, vyrobca Witec ARG
musi umozriovat rozsirenie zariadenia Ramanovej excitacie o minimalne tri nasledovné vinové dizky: ANO
405 nm (120 mW), 488 nm (75 mW) a 632.8 nm (35 mW)

musi umozZiovat roziirenie o AFM hlavu pre stuéasné meranie morfoldgie povrchu v minimalne ANO

0.H1.P43 DPSS laser pre Ramanovu spektroskopiu + fiber coupler

Typ zariadenia alebo vyvojovd rada:

Uoee ua-01-09U0-TU0 "ouUBwoL]
SAMBA 532 nm 300mW HS-03

Wrobca zariadenia:

HUBNER PhOTONICS/WITEC

PoZadované funkéné a fechnické pararmeire zaradenia.

Parameitre ponikaného zariadenia.
(ANO-NIE/hodnota parametra):

DPSS laser je naviazany do jednomédového optického vlakna pre existujlici Ramanov mﬁ<roskop typu
Alpha 300R od firmy Witec.

ANO




DPSS laser musi byt plne funkéne a technicky kompatibilny s Ramanovym mikroskopom typu Alpha

300R, vyrobca Witec AHD
DPSS jednomédovy laser s vykonom minimaine 300 mW na vinovej dizke 532 nm a minimalnou &irkou ;

o : : ANO
¢iary 1 MHz s potrebnym kontrolérom

musi obsahovat' modul na naviazanie lasera do jednomédového optickeho viakna ANO

0.H1.P44 Ultrarychly rastrovaci silovy mikroskop kombinovany s konfokalnym invertovanym mikroskopom

Typ zariadenia alebo vyvofovd rada:

JPK NANOWIZARD ULTRASPEED 2

Wrobca zariadenia:

BRUKER NANO INC.

PoZadované funkcné a fechnické paramelre zaradenia.

Parameitre ponikaného zariadenia:

(ANO-NIE/hodnota parametra):
vysokorychlostné zobrazovanie s minimalne 10 snimkami za sekundu na vhodnej vzorke ANO
zobrazovanie biologickych a inych makkych vzoriek, ako tkaniva, bunky a hrydrogély, vo vysokom ANO
rozliSeni vo vzduchu alebo v kvapaline
moznost simultanne pouzivat pokrocilé optické a AFM experimenty ako elektrochémia, super rezoluéna ANO
a konfokalna mikroskopia
poZadovana je moZnost merania silovej spektroskopie a mapovanie sil ANO
sub-nanometrické rozlienie AFM v konfiguracii samostatného (pohlad zvrchu) alebo invertovaného ;

ey . . . y ) ! . i ANO
optického mikroskopu (pohlad zospodu) pre snimanie vzoriek transparentnych aj netransparentnych
technoldgia snimania hrotom pre bezpeénu a lahku obsluhu vo vzduchu, plynoch a tekutinach ANO

minimalny rozsah skenovania 30 pm x 30 ym v x-y rovine a 6 um v z smere s Groviiou $umu v uzavretej
sluéke najmenej 0,015 nm RMS

ANO, rozsah skenovania 30 x 30 x 6,5
um, Sum menej nez 0,015 nmRMS

vietky hlavné rezimy AFM: reZzim kontaktu s lateralnymi silami, tapping rezim s fazovym posunom, rychle
snimanie silovych kriviek pre vyhodnotenie mechanickych viastnosti vo vzduchu alebo v kvapalinach

ANO

pokroéilé reZimy: bezkontaktné FM a PM, elekirické a magnetické reZimy zobrazovania v kvapalinach
alebo vo vzduchu

ANO




snimanie optickych obrdzkov pomocou optickej sistavy so Standardnym kondenzorom min. svetlé pole,

fazovy kontrast, Hoffmanova moduléacia, DIC simultanne s AFM zobrazovanim pomocou invertovaného ANO
mikroskopu
pokrocilé optické techniky simultanne s AFM: FRET, TIRF, detekcia jednej molekuly, epi-fluorescencia, "

. . ! oo ; ANO
konfokélne laserové skenovanie (CLSM) s optickymi mikroskopmi
musi byt mozn& simultanna prevadzka s technikami optického rozliSenia ako STED a STORM ANO
poZadovany je vysoko vykonny digitalny radi€¢ s nizkym Sumom ANO

otvorena hardvérova a softvérova architektara, zalozena na otvorenom operacnom systéme

ANO, OS Ubuntu (Linux)

o0 vysokorychlostné zaznamenavanie udajov, min. 800 000 pixelov/sekunda

optimalny vykon zabezpeceny pomocou aktivheho odruSenia vibracii, ako aj pouzitim akustického Stitu ANO
Kontrolér:
plne vybaveny nizkoSumovy vysokovykonny digitalny kontrolér pre SPM ANO

ANO, VYSOROTYCNIOSTNE

zaznamenAvanie 1idaiov 200 000

o minimalne 1 vysokonapatovy kanal pre signély rychleho riadenia:

ANO; 1 vy50Konapatovy Kanar pre
sinpaly rvchleho ria

minimalne 1 vysokorychlostny plne digitalny lock-in zosiliovac (60 MSamples/s),

ANO, 1 VySOKOFyCHIUbllIy plne OIgI[aIny
lack-in zasiliavad (AN MSamnle

minimalne 1 stredne rychly plne digitalny lock-in zosilnovac (800 kSamples/s)

</)
ANU, L streanetycniy plne argramy
lock-in zasilnavad (00 kSamnles/s)

0 vstavana spatna vazba s fazovou uzamknutou sluc¢kou (PLL)

ANO

0 minimalne 4x 24-bitové generovanie skenovacieho signalu pomocou DAC 1x 60MHz 16bit, 6x
18bit ADC kandly

ANU, 84X Z4-DIuveE gererovdaiie

skenovacieho signalu pomocou DAC
1v AONMEZz 168hit Av 19Qhit ADC lrandlhys

0 minimalne 1x 24bitova vysoko presna ADC alebo ekvivalent

ANO, 1x 24bitova vysoko presna ADC

digitalnymi kanalmi IO

0 vstavany pristup k signalu s minimélne 2 analégovymi vstupmi a 4 analégovymi vystupmi, 2

ANU, volavally pristupy K siyliaiu o <
analégovymi vstupmi a 4 analégovymi

anfetiinmi 9 dinitAlmvimi leanAlmi 10N

0 pozadované su min. 2 kanaly na Sub-D pre vstup dat; miniméalne 2 kanély (Sub-D) pre vystup dat

ANO, 2 kanaly na Sub-D pre vstup dat;
minimalne 2 kanaly (Sub-D) pre vystup

dat
o kalibracia tepelného Sumu az do 3,25 MHz AN, KaIIDraCIiISE'\eAIEEHO sumu az do
(o] .kontrolér musi mat’ pripojenie na ovladanie PC pomocou Gigabit LAN alebo ekvivalentnou ANO
zbernicou
o kontrolér musi mat softvérovo ovladatelné digitéalne filtre ANO

Skenovacia hlava SPM:




atomarne rozliSenie v uzavretej slucke (sluda v pufrovanom roztoku) na inverznom mikroskope pri

aktivnej antivibracnej a antihlukovej prostredia ochrana ANG
najnizsi ramienkovy vychylovaci Sum < 2 pm RMS AND, ram|enKor\‘/r3r/1vngnqy|ovaC| SUm s <
poZadované podporované zobrazovacie reZzimy vo vzduchu a v kvapaline:
o snimanie silovych kriviek so spatnou vazbou pomocou "peak force", rezim kontaktu s boénou
silou, reZim snimania v tapping mode s fazovym zobrazenim, Q-riadenie, zobrazovanie vysSich ANO
harmonickych, pokrocilé rezimy ako su PM-AFM alebo FM-AFM, MFM, mapovanie sily, elektrické rezimy
poZadované podporované rezimy bez zobrazovania:
o silova spektroskopia, rezim bodovej spektroskopie, mapovanie sil, pokrocilé rezimy ako litografia / ANO
manipulacia
motory pre automatické priblizenie a korekciu néklonu ANO
Skener:
minimalna rychlost snimania jednej linky 100 Hz AN, TYLTIOSE fz:]rza;ma JEENEl ey
pokrocila regulacia v uzavretej slucke pre najnizsi ¢as stabilizacie a zabranenie prekmitu a zvoneniu, ANO
ktory je sposobeny kontaktom vzorky a hrotu
os Z musi byt mechanicky oddelena od skenera XY ANO
3-0sové kapacitné snimace polohy pre prevadzku v uzavretej slucke ANO

Z-Sum (v spatnej vazbe): < 25 pm RMS

ANO, pod 25 pm RMS

rozsah skenovania v x-y rovine minimalne 30 um x 30 um a rozsah skenovania v z smere: min. 6 um

ANO, rozZzsan skenovania v X-y rovine
mx 30 um a rozsah skenovania v

Sirka pasma detekcie vychylenia: 8 MHz

201
/-\I\IU SITKa pPasITia Getekcie vycnyiernia

moZnost’ merania vzorky priamo na stage min. s priemerom 140 mm x 18 mm; neobmedzene pre velké
vzorky pre skenovaniu hrotom

Q MH=Z
ANU,TTIUZTNIUSL TTIETallla VZUTKY pPrialmiv
na stage s priemerom 140 mm x 18

mm- nanhmadzana nra vallrd vizarlos

hlava musi byt Gplne utesnena proti pare a tekutinam

ANO

poZaduje sa zdroj svetla s vertikalnym dopadom

ANO

musi umoziovat integraciu minimalne s inverznymi optickymi mikroskopmi podporujucimi fluorescenciu,
konfokalnou laserovou skenovacou mikroskopiou, TIRF, Ramanom

Invertovany opticky mikroskop:

invertovany konfokalny laserovy mikroskop s miniméalne Styrmi excitanymi lasermi 405 nm, 488 nm, 561
nm a 640 nm

ANO, styri excitacné lasery 405 nm,
488 nm, 561 nm a 640 nm

minimalne tri optické objektivy: 10x/0,25, 40x/0,55 a 100x/1,25

ANU, TrT OptiCKe ODJeKllVy 1UX/U,Zo,
A0x/0 B8 a3 100%/1 25

dvojdimenzionalny detektor pre konfokalny rezim s moZnostou dynamickej volby rozliSenia

ANO

musi umoznovat motorizované Z-stack merania

ANO




stuéastou dodavky musi byt modul s prislusnym programovym vybavenim na zber dat, ich kompletnu
analyzu, vyhodnotenie a archivaciu

ANO

zostava rastrovacieho (SPM) a konfokalneho mikroskopu musi umozriovat prekryv optického a AFM
obrazu poc¢as skenovanie v rezZime AFM

ANO

0.H1.P45 Specialna opticka antivibraéna platforma (stol) pre spektrainu analyzu

Typ zariadenia alebo vyvojovd rada:

CLEANTOFR 1803 oCLRICo UP TTCAL

TARIETOP
Vyrobca zariadenia:| TMC VIBRATION CONTROL

PoZadované funkcné a technické paramelre zariadenia: Pa;}:,’;i;p; iﬁwfm’a &parz:ge o }__la"

opticka antivibraéna platforma s timenim pneumatickymi izolatormi so staéenym vzduchom ANO

minimalne rozmery optickej platformy 2 400 x 1 200 x 200 mm s rastrom 25 x 25 mm a zavitom M6 ANO

0.H1.P46 Pristroj na meranie déb Zivota excitovanych stavov typu TCSPC

Typ zariadenia alebo vyvofovd rada.

STERIROI LUORIMETEIR T oo-wo- |
TCSPC

Wrobca zariadenia:

EDINBURGH INSTRUMENTS

PoZadované funkcné a fechnické paramelre zariadenia.

Parametre ponikaného Zariadenia.:

(ANO-NIE/hodnota parametra):
Pristroj umoziujuci meranie ¢asovorozli$enej fluorescencie (TCSPC- Time Correlated Single Photon ;
A 2 & ; e el : ANO
Counting lifetime system) réznych druhov materidlov, kvapalnych aj tuhych vzoriek.
musi umoznovat simultanne merania ¢asovo rozliSenej fluorescencie a fosforescencie, casovo ANO

rozliSenej fluorescenénej anizotropie

neoddelitelnou suéastou pristroja musia byt minimalne dve pulzné UV LED diédy a Styri pulzné lasery,
éasovacia elektronika, emisny monochromator s minimalnym rozsahom od 200 — 800 nm a Strbinami,
bezpeénostna uzavierka lUéa, kontrolér laserovych pulznych didd, pikosekundovy detekény modul a
automatické polarizatory nezavisle pre excitaciu a emisiu

AT, UVE PUIZITE UV LD aroay J STyIT]
pulzné lasery, 8asovacia elektronika,

emisny monochromator s minimalnym
rozsahom od 200 — 870 nm a

meratelny rozsah ¢asového priebehu minimalne v intervale od 25 ps az 1 s v zavislosti od pouzitého
svetelného zdroja

Shioa ! " l
priebehu minimalne v intervale od 25

=4 il - | B Y-

prislusenstvo: termoelektricky kontrolovatelny drZiak vzorky s moZnostou mie$ania vzorky, drZziak pre
tuhé vzorky, prislusenstvo musi umozZriovat' merania v rozsahu -10 °C az +105 °C

ANO




stuéastou dodavky musia byt: lasery - 250 nm (10 nm) ps pulzny LED, 570 nm (10 nm) ps pulzny LED,
405 nm (£5 nm) ps pulzny diédovy laser, 485 nm (£10 nm) ps pulzny diédovy laser, 635 nm
(£5 nm) ps pulzny didédovy laser, 670 nm (£3 nm) ps pulzny diddovy laser

U, ol Y ST T L TV TN o

pulzny LED, 570 nm (£10 nm) ps
pulzny LED, 405 nm (£5 nm) ps pulzny

stuéastou dodavky musi byt modul s prislusnym programovym vybavenim na zber dat, ich kompletna e ) T
analyzu, vyhodnotenie a archivaciu, vratane programového vybavenia na analyzu kinetiky zhasania ANO
excitovanych stavov
0.H1.P50 UV-VIS spektrofotometer
Typ zariadenia alebo vyvojovd rada. |UV 2600i

Wrobca zariadenia:

SHIMADZU CORP.

PoZadované funkéné a fechnické pararmetre zariadenia.

Parametre ponikaného zariadenia.:

(ANO-NIE/hodnota parametra):
kon’_lpaktn)? pravy_ dV?jll]éC')V? UV-VIS spek-trofotome.ter s monochromatorom typu Czerny-?urner alebo ANO
ekvivalentnym pripojitelny na PC so softvérom a prislu§enstvom
poZadované zdroje Ziarenia - lampa: D2 lampa (UV) a halogénova lampa (VIS) ANO
rezimy merania - fotc_:metfick?, skenovaci_, kinetika, kvantitativny; fotometricky méd merania - ANO
absorbancia, transmitancia, odraz, energia
drZiak kyviet na referenénej a meranej strane 10 mm ANO
prietokova kyveta 10 mm kremenna kyveta ANO
prietokovy systém (sipper) pre davkovanie kvapalnych vzoriek ANO
nastavec na polarizaciu a depolarizaciu luéa v UV-VIS spektre ANO
nastavec umozniujuci rotaciu vzorky a meranie v roznom optickom uhle ANO

termoelektricke (Peltierov ¢lanok alebo ekvivalent) ohrievanie a chladenie vzorky v teplotnom rozsahu
minimalne od 0 °C az 100 °C meracej a referentnej kyvety s magnetickym miesadlom pre meraciu celu
a s teplotnou sondou

AU, [EITOCIERIICKE (FelUelovV CIanoK]|
ohrievanie a chladenie vzorky v

teplotnom rozsahu minimalne od 0 °C
2% 100 °C meracei a referandnei Innety

nastavec na meranie pevnych vzoriek - transparentnych filmov ANO
nastavec na meranie pevnych vzoriek - netransparentnych filmov ANO
moznost merania vzoriek technikou spekularmej reflexie ANO
mozZnost merania vzoriek technikou difuzneho odrazu - integraéna sféra ANO

rozsah vinovych dizok 190 — 1 400 nm

ANU, ToZsNa VInovycn diZok T90-T |
A00nm




nastavitelna étrbina 0,1 - 5 nm s presnostou < 0,1 nm

ANO, nastavitelna strbina 0,1-5 nm,
presnost 0.1 nm

presnost vinovej dizky +0,3 nm

ANO, presnost vinovej dizky +0,3 nm

reprodukovatelnost vinovej dizky UV-Vis +0,05 nm

rozptyl svetia pri 220 a 340 nm <0,005 %; fotometricky rozsah (poZaduje sa filter na oslabenie intenzity
luca)

ANO, vinovej dizky UV-Vis £0,05 nm
AN, TOZPTyT SVeld PITZ20 J 53U T |

<0,005 %; fotometricky rozsah- filter na

nelabhania intan=zity 11Aa

rozsah nastavenia -4 - +4 Abs

ANO, rozsah nastavenia -4 - +4 Abs

fotometricka presnost (1,0 Abs) +0,004

ANV TOWDITIETTCRa Presnust (1,0 AUS)

fotometricka opakovatelnost (0,5 Abs) £0,001

AN, IUIUIIEW%W

Al 0 004

fotometricky Sum < 0,00003 Abs

ANO, fotometricky Sum < 0,00003 Abs

stabilita zakladnej ¢iary po hodinovom zahriati <0,0003 Abs/hod

ANU, STEnita Zakiaane] ciary po. |
hadinavnm zahriati <0 00032 Ahe/hnd

detektor - fotonasobi¢, InGaAs alebo ekvivalent

ANO, fotonasobig, InGaAs

test pristroja a kalibracia automaticky po zapnuti ANO
Sl'jéajst‘ou dodavky musi_ byt ana?yt{icl_tgf a‘archivat“:ny modul s prisludnym programovym vybavenim na ANO
analyzy, vyhodnocovanie a archivaciu dat

Rozhranie pre pripojenie externého PC a tlaCiarne (USB resp. ekvivalent) ANO
Sietoveé pripojenie 220V/50HZ ANO

0.H1.P52 Nanokvapkovy spektrofotometer

Typ zariadenia alebo vyvofovd rada:

NANODROP ONE

Wrobca zariadenia:

THERMO SCIENTIFIC

PoZadované funkcné a fechnické paramelre zaradenia.

Parameitre ponikaného zariadenia:

(ANO-NIE/hodnota parametra):
UV-Vis mikroobjemovy spektrofotometer na kvantitativnu analyzu nukleovych kyselin a proteinov ANO
automatické meranie a autoblank - okamzité meranie ihned po sklopeni ramena ANO
spektralny rozsah minimalne od 190 az 850 nm pre meranie réznych typov vzoriek ANO, spektralny rozsah 190-850nm
maximalny objem vzorky 1-2 ul vzoriek bez potreby riedenia, minimalne mnozstvo 1 ul ANO
prednastavené metddy pre analyzu a stanovenie DNA, RNA, bielkoviny A280, Microarray, bielkoviny a ANO

markery, Pierce 660, Bradford, BCA, a Lowry

detekény limit: 2 ng/pl (dsDNA), 0,06 (0,03) mg/mL (BSA (IgG))

ANU, TEERCNY MM Z AT (OSDNAT, |
006003 ma/ml (BRSA (IaGh)




koncentracné maximum: 27 500 ng/uL (dsDNA), 820 (400) mg/mL (BSA (1gG))

ANU, Z/ DUU NG/UL (QSUNA), 82U (4UU)

reprodukovatelnost merania lepsia ako 0,002 A (1,0 mm dizka optickej drahy ) alebo 1 % CV

ma/ml I‘ﬁé& flmé]‘
ANU, Teproa

integrovana ovladacia jednotka s dotykovym displejom a s integrovanym programovym vybavenim

umozfujucim identifikaciu kontaminantov, kontrolu integrity vzorky

ANO

0.H1.P53 Rﬂntgenovv] fotoelektronovy spektrometer s UPS a klastrovym delom

Typ zariadenia alebo vyvojova rada:

NEXSA

Wrobca zariadenia:

THERMO SCIENTIFIC

PoZadované funkéné a fechnické paramelre zariadenia.

Pararetre ponikaného zariadenia.
(ANO-NIE/hodnota parametra):

Kompakiné zariadenie na RTG fotoelektronovu (XPS), ultrafialovii fotoelekironovu spekiroskopiu (UPS),
spektroskopiu rozptylu iénov (ISS) a spekiroskopiu odrazenych elektronov s energetickou stratou
(REELS) so zdrojmi Al Ka monochromatického RTG Ziarenia ako aj Ar” iénov a klastrov s
vysokorozliSovacim spektrometrom na presnu povrchovu bodovt, ¢iarovu, plodnu (vratane mapovania) a
nedestruktivnu hibkovi (uhlovorozli§enti XPS) a destruktivnu hibkovii analyzu (pomocou Ar' idnov a Ar*
klastrov) kvalitativhu aj kvantitativhu analyzu chemického zloZenia masivnych elektricky vodivych aj
nevodivych masivnych materialov a tenkych vrstiev, vratane kompletného ovladacieho, analytického a
vyhodnocovacieho softveru.

ANO, pontkame zariadenie -
spektrometer NEXSA s funkciami
merania metédami: XPS, UPS, ISS,
REELS s kombinovanym zdrojom ionov
Ar+/klastrov Ar+ s Ziadanymi funkciami,
vratanie kompletného, komplexného
softvéru AVANTAGE

Zariadenie musi umoznovat automatizovanu kvalitativnu aj kvantitativnu analyzu XPS/UPS vratane
uhlovo zavislej XPS, ako aj metédy ISS/REELS a spliiat nasledovné poziadavky a parametre a byt
vybavené nasledovne:

ANO, zariadenie umoznuje
automatizovanu kvalitativnu aj
kvantitativhu analyzu XPS/UPS aj
uhlovo zavisli XPS (AR XPS), aj
metody ISS/REELS

analyticka komora z Ni-Fe zliatiny s mozZnost'ou automatického vypekania komory bez dodatoéného
magnetického tienenia z p-zliatiny

ANO, analyticka komora je vyrobena z
Ni-Fe zliatiny (mi-zliatina) a umozZnuje
automatické vypékanie komory

prechodova komdrka (load lock) na rychle vkladanie vzoriek do komory bez narusenia ultravysokého
vakua

ANO, zariadenie je konstruované s
prechodovou komorkou (load lock) pre
rychlé vkladanie vzoriek do analytickej

komory bez naruenia ultravysokého
vakua

vymenitelné drZiaky na vzorky s vyuZitelnou plochou drziakov vzorky 60 x 60 mm a2 do hrubky vzorky dg
20 mm

ANO, 60 x 60 mm (3600 mm2) x 20

drziak na vzorky s moznostou nalozenia elekirického napatia (sample bias module)

mm hrubky vzor
ANV, SUL

hiac mndulg"




plne motorizovany manipulator drZiaka vzoriek v 4 osiach (3 osi a kontinudlna azimutélna rotacia)

ANO, sucastou ponuky je motorizovany

minimalne 3 digitdlne kamery na pozorovanie plochy drziaka na lokalizaciu vzoriek, detailov jednotlivych
vzoriek na vyhladavanie miesta analyzy a nastavenie vysky vzorky

manioulator drziaka vzoriek v 4 osiach
ANO, 3 CCD kamery s Ziadanymi

vlasnostami su v konfiguraci

monochromaticky RTG zdroj s moznostou kontroly priemeru li¢a v rozsahu minimalne 10 — 400 um
s nastavitelnym krokom 5 um a intenzitou signalu na Ag 3d5/2 v Standardnom rezime minimalne

4 000 000 cps pre velkost bodu 400 um merané po odstraneni linedrne extrapolovaného signalu
pozadia pri priemere lG¢a

ANO, zariadénie ma pozadované
vlastnosti monochrom. RTG zdroja,
RTG luca, jeho nastavenie a intenzitu v
cps pri popisanom nastaveniu a
korekcii pozadia

dualny (nizkoenergetické iény aj elektrény) systém kompenzacie naboja nevodivych vzoriek

ANO, zariadenlie Je vybavene
_nozidovanvm dudlnvm svstémom

automaticky optimalizované iénové delo schopné pracovat v reZzime i6nov s energiou iébnov v rozsahu
minimalne 0,5 - 4 keV a iénovych klastrov v rozsahu energii minimalne 2 - 8 keV

ANO, enrgia i6nov je 500 eV do 4 keV
a energia ionovych klastrov je 2 -8
keV

program iébnového dela musi podporovat automatickd funkciu ,degas* a procedury kondicionacie
filamentu dela

ANO, je implementovano

180° hemisféricky analyzator s minimalne 128-kanalovym detektorom fotoelektronov a UPS
v povrchovych médoch (bod, &iara, plocha, aj mapovanie) aj v hibkovom profile

ANO, plno 180° hemisféricky
analyzator, 128-kanalovy detektor vo
vSetkych modov

rozliSenie XPS analyzéatora (Sirka piku v polovici jeho vySky - FWHM) musi byt pre Ag 3d5/2 lepSie ako
0,5eV

ANO, < 0.5 eV FWHM pre Ag 3d5/2 pik

detektor musi umoznovat tzv. paralelné snapshot médy, umoznujice rychly zber dat

ANO, deteKtor umoznuje rycnly sper
dat tzv SnanMan mad

automatizovana kalibracia nastavenia a optimalizacia velkosti RTG li¢a, oboch médov ibnového dela,
kompenzacného dela, optimalizacia detektora, elektronovych SoSoviek, nastavenie ionového dela,
transmisné funkcie a linearity energetickej osi

ANO, v3etky pozadované funkcionality
su implementované

systém musi mat’ automatické funkcie kontroly vakua a napustania plynov, presunu a vysky vzoriek,
zberu Udajov, ako aj programové vybavenie na automatizovanu kvalitativnu aj kvantitativnu analyzu
vSetkych typov nameranych spektier

ANO, v3etky pozadované funkcionality
su implementované

datovy systém musi obsahovat integrovany a interaktivny systém vyhodnocovania spektier s
interpretacnou databazou, tento systém musi byt priamo prepojeny s XPS datovymi subormi pre rychlu
identifikaciu, fitovanie, prekryv a Statistické spracovanie napr. metédami inymi ako metédou najmensSich
Stvorcov

ANU, VOCIKY puZauuvdlic TUrikLIc su
obsazené v ddovom sstéme
AVANTAGE, vratanie interpretatné a
interaktivné databaze XPS Knowledge

spektrometer musi byt vybaveny a dodany so systémom pre meranie metédou ultrafialovej
fotoelektronovej spektrometrie - UPS

Doacao
ANU, speKtrometer bude vypaveny a

dodany v konfiguracii pre meranie
metddon 11IPS

sUucastou systému musi byt plynovy zdroj vybojov pracujici so vzacnym plynom

ANO, sucastou spektrometra je
datasystémom riadeny zdroj vybojov,




vSetky funkcie a operaéné parametre , diferencialne ¢erpanie, vSetky manipulacie s plynom a riadenie
funkcii UV zdroja musia byt automatizovane, t. j. musia byt pine kontrolované a riadene datovym
systéemom a byt plne pouZitelné aj poas komplexnych experimentov ako je hibkové profilovanie

ANO, vietky poZiadované funkcie su

implementované v datovom systéme

AVANTAGE a o aj poéas hibkového
profilovania

Standardné operaéné funkcie musia byt nakonfigurovatelné pre pouZitie Hélia (He) so zhrnutim funkcii
v riadiacom datovom systéme, ako je napr. Start lampy a praca v maédoch He (1) alebo He (Il)

ANO, je implementovano v riadiacom
datovom systeme AVANTAGE

zariadenie musi byt vybavené modulmi s naklonom na uhlovo zavisli XPS, modulom s mozZnostou
predpétia, vlastnym uzavretym chladiacim systémom a chemicky odolnou pred pumpou

AT, SPeRUUITTETST J& VyRavery |
modulmi pre AR XPS, bias modulom,
chillerom a chemicky odolnou pred-

stéastou dodavky musi byt zodpovedajlica riadiaca jednotka s operaénym systémom a programovym
vybavenim na meranie, spracovanie a kompletné vyhodnotenie merani

AT, TTauEca et T To s
monitorom) s predindtalovanym
Y 2

Sucéastou dodavky je pozadovany Startovaci balik spotrebného materialu definovaného vyrobcom pre
cely systém nevyhnutny pre inStalaciu zariadenia a uvedenia do beznej laboratérnej prevadzky,
minimalne véak Standardy nevyhnuiné pre kalibraciu systému tak aby mohli byt deklarované
vykonnostné parametre pri inStalacii na &istej vzorke Ag, a to nasledovne - intenzita (poéet pulzov za
sekundu) = 1 Mcps, pri rozlideni na Fermiho hrane = 100 meV (rozliSenie je definované ako rozdiel
energii medzi bodmi s intenzitou 20 % a 80 % maximalnej hodnoty intenzity pod Fermiho hladinou)

ANO, balik spotrebného materialu pre
instalaciu a Standardy potrebné pre
preukazanie deklarovanych
vykonnostnych parametrov st
souctastou dodavky

0.H1.P54 Odparovaci detektor s rozptylom svetla ku kvapalinovej chromatografii so softwarom

Typ zariadenia alebo vyvojovd rada.

VWR ELSD/PRIMAIDE1310

Vyrubca Zariadenia:

HITACHI

PoZadované funkéné a fechnické paramelre zariadenia.

Parameitre ponikaného zariadenia.
(ANO-NIE/hodnota parametra):

nizkoteplotny odparovaci (ELS) detektor, pracujici v rozmedzi tepl6t od okolitej teploty do 100 °C

AN 2RO CRoU Ty CupadiovacT (LoD |
Solat =i 1At od

detektor musi byt plne kompatibilny s existujucim HPLC systémom, ktory zahffia kvartérnu pumpu
model Infinity 1260 spolo&nosti Agilent a software Clarity od firmy DataApex

ANO

detektor musi umoziiovat pracu za sucasného pouzitia DAD detektora pre lepSiu charakterizaciu
pripravenych funkénych (ko)polymérov a organickych zluéenin po ich separacii na HPLC koloénach

ANO

detektor musi pracovat v rozmedzi tepl6t od okolitej teploty do 100 °C pri prietoku eluentu minimaine
v rozsahu od 200 pl/min az 2 ml/min

ANV, UET

ERTOT PTaCuje v 10ZITEaZT |
tepl6t od okolitej teploty do 100 °C pri

detektor musi pouZivat ako nosny plyn vzduch s prietokom mensim ako 3 I/min

nri
ANU,

vzduch e nrietakam mendim akn 3 |

citlivost detektora musi byt lepSia ako 5 ng

ANO, citlivost je mensia ako 5ng




moznost riadenia detektora existujlicim programom Clarity, moZnost riadenia priamo pomocou
klavesnice na detektore, detektor musi mat analdgovy vystup

ANO

stcastou dodavky detektora musi byt programové vybavenie pre riadenie detektora

ANO

0.H1.P55 Detektor diédového pofa s absorbciou v UV-vis obla_sti ku kvapalinovej chromatografii

Typ zarladenla alebo vyvojova rada:

AZURA DAD 6.1 L

Wrrobca zariadenia:

KNAUER WISSENSCHAFTLICHE
GERATE GMBH

PoZadované funkcné a technické pararmeire zaradenia.

Parametre ponidkaného zariadenia.
(ANO-NIE/hodnota parametra):

detektor diédového pola s rozsahom vinovych dizok minimaine v rozsahu 190 — 1000 nm

ANO, (190 - 1000 nm)

pocéet diod minimalne 1 024

ANO, potet diod 1024

rychlost zberu dat minimalne 100 Hz

ANO, 100 Hz (LAN)

prietokova analyticka cela s optickou drahou 10 mm a objemom maximaine 10 mikrolitrov, ktora bude

ANO, draha 10 mm, objem 10 ul, max.

umozriovat pracu az do tlaku 300 bar tlak 300 bar
maximalna rychlost prietoku: 20 ml/min ANO, max. prietok 20 ml/min
detektor musi byt samostatne stojaci ANO

detektor musi umoZfiovat ovladanie pomocou mobilného tabletu ANO

mozZnost riadenia detektora existujlicim programom Clarity ANO

0.H1.P56 Multidetekény mikroplatnickovy ¢itac

Typ zarladeni/a alebo vyvojovd rada.

HIMF

ijbca Zariadenia:

BIOTEK (PART OF AGILENT)

PoZadované funkcné a fechnické paramelre zariadenia.

Parametre ponikaného zariadenia.

(ANO-NIE/hodnota parametra):
poZadované detekéné maody: absorbancia, fluorescencia, luminiscencia (celkova, filtrovana), ANO
fluorescencia s éasovym rozliSenim, flourescenéna polarizacia
dualny systém s dualnymi monochromatormi a detektormi ANO




monochromator 230 — 999 nm pre UV/Vis detekciu absorbancie, nastavitelny minimalne s krokom 1

nm Sirka pasu maximalne 4 nm

ANU, MoONOCNromator £3U — JJd nim
pre UV/Vis detekciu absorbancie,

monochromator pre fluorescenciu v rozsahu 200 - 700 nm rozliSenie pre fluorescein: 1 pM

Skt v

fllinracranecin v razeabi 200 700 nm |

zdroj: Xenonova flash lampa

ANO,

musi umoznovat pracu minimalne s 6, 12, 24, 48, 96 a 384 jamkovymi platni¢kami, s moznostou
temperovania v rozsahu teplét minimalne od +4 °C do +45 °C

IV, aIMoZae praca S O, 1Z, &7, 70, |
96 a 384 jamkovymi platnickami, s

poZadovany dynamicky rozsah minimalne od 0,000 az 4,000 Abs

ey e e b
AR AR R RS S 3%y

moznost merania luminiscencie v rozsahu 300 -700 nm

AN TeTame TR S CaneIe v To2SanT

200 -700 nm
poZadované trepanie mikroplatni¢ky ANO
systém musi umozniovat jednoduché programovanie a oviadanie cez programové vybavenie ANO
sti¢astou dodavky musi byt aj ovladaci systém pre meranie a vyhodnocovanie dat ANO

0.H1.P57 Hmotnostny cytometer so zobrazovacim systémom

Typ zariadenia alebo vyvojovd rada.

HYPERION IMAGING SYSTEM

Wrobca zariadenia:

FLUIDIGM

PoZadované funkcné a fechnické paramelre zaradenia.

Parametre ponikaného zariadenia.

(ANO-NIE/hodnota parametra):
Systém vyuzivajlci iobnovy zdroj na baze indukéne viazanej plazmy s volne beziacim generatorom
radiofrekvenéného (RF) elektromagnetického pola a s rozhranim s vyvazenou indukénou cievkou, alebo ]
systém s ekvivalentnym technickym rieSenim poskytujucim rovnaké alebo lepsie uzitkové, prevadzkove, ANO

funkéné charakteristiky. Systém pozostava z hmotnostného cytometra vratane chladi¢a a
zobrazovacieho systému.

Hmotnostny cytometer musi mat'

aspon 5-stupriovy vakuovy systém s aspon 2-stupnovym rozhranim plazma-vakuum a s TOF (time of
flight) turbo pumpou alebo ekvivalentné technické rieSenie poskytujlice rovnake alebo lepsie Gzitkove,
prevadzkoveé, funkéné charakteristiky

ANO / 5-stupriovy vakuovy systém s 2-
stupfiovym rozhranim plazma-vakuum
a s TOF (time of flight) turbo pumpou

i6novo-neutralny oddelovaci iénovy deflektor, vysoko-priepustnu idnovi optiku a bodovo-paralelny (point-
to-parallel) zaostrovaci systém So3oviek alebo ekvivalentné technické rieSenie poskytujlice rovnaké
alebo lepSie uZitkové, prevadzkove, funkéné charakteristiky

ANO

ortogonalny TOF hmotnostny analyzator prevadzkovany pri cyklusovej frekvencii aspor
75 000 spektier/sekundu a idbnovy detektor s diskrétnymi dynédami alebo ekvivalentné technické riedenie
poskytujuce rovnaké alebo lepSie GzZitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky

ANO 7 ortogonainy 1OF hmotnostny
analyzator s frekvenciou
75 000 spektier/sekundu + idGnovy
et liskrét { dynadami




detekény systém zalozeny na dualnom digitalizatore s rozliSenim aspon 8-bit a vzorkovacou rychlostou
aspon 1 GS/s alebo ekvivalentné technické rieSenie poskytujlce rovnaké alebo lepSie Uzitkove,
prevadzkové, funkéné charakteristiky

ANO / duélny digitalizator s rozlisenim
8-bit, vzorkovacia rychlost = 1 GS/s

priamu vzorkova komoru pre bunkové testy alebo ekvivalentné technické rieSenie poskytujice rovnaké

alebo lepSie uzitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky ANG
mikrokoncentricky rozpraSovac alebo ekvivalentné technické rieSenie poskytujlice rovnaké alebo lepSie "
o p . p v . L ANO
uzitkove, prevadzkové, funkéné charakteristiky
automaticky pneumaticky vkladac¢ vzorky (loader) alebo ekvivalentné technické rieSenie poskytujice "

. v , J ) v . o ANO
rovnaké alebo lepSie UZitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky
automatickd optimaliza¢nu funkciu ovladania pristroja a spracovania dat ANO
Specifikacia modulu hmotnostny cytometer:
pocet kanalov - aspof 135 ANO /135

hmotnostny rozsah - aspon v rozsahu od 75 az 209 amu

ANO /75 - 209 amu

citlivost pre relativne zasttpenie - aspoii 0.3 % pre ***Tb

ANO / 0,3% pre 159Tb

odozva zariadenia - aspofi 600 000 countov/pg **°Th

ANO / 600 000 countov/pg pre 159Tb

detekény limit - aspon 350 protilatok/bunka

ANO / 350 protilatok / bunka

dynamicky rozsah - aspon 4.5 radov

ANO /4,5

kalibracia — automatizovana

ANO

UloZisko dat s kapacitou aspon 7,2 TB RAID (zrkadlené)

ANO /= 7,2 TB RAID mirrored

vkladac vzorky - automaticky pneumaticky vkladac vzorky s mieSanim, moZnost' pouZzitia skamaviek do
objemu aspor 5 ml

ANO /5 ml

maximalny vykon - aspon 2 000 udalosti/s

ANO / 2000 udalosti za sekundu

prietok - aspon v rozsahu od 30 aZ 45 pl/min

ANO / 30 - 45 pl/min

reprodukovatelnost (CV opakovanej normalizovanej vzorky) — maximalne do 3 %

ANO / <3%

autosampler - mozZnost' narabania aspon s tromi 96-jamkovymi platni¢kami az po formét
hibokojamkovych platni€iek s objemom jamiek aspon do 2 ml, 2-pozi¢ny 9-portovy automatizovany ventil
pre simultdnne nastavenie preplachnovanie vzorkou, nastavitelny objem vzorky v rozsahu aspoii od 50
az 900 pl

ANU T AUtusSAaltipicT Tia JUTJAITiRuve

platnicky, hlbokojamkové platnicky
s objemom 2 ml, 2-pozi¢ny 9-portovy
automatizovany ventil na simultanne

nactaviania nranlachovinnia vizavlong.

Specifikacia modulu zobrazovaci systém:

frekvencia - aspon 200 pixelov/s

ANO / 200 Pixel/s

detekény limit = 400 kopii/um?

ANO / 2400 kopii/um2




dynamicky rozsah - aspori 4 rady

ANO / 4 rady

kalibracia — automatizovana

ANO

plocha skenovania — aspofi 1 mm? (za 2 h pri 200 Hz)

ANO /1 mm2 (za 2 h pri 200 Hz)

presluch medzi pixlami — maximalne 15 % pri 200 pixloch/s

ANO / £15% pri 200 pixloch/s

optické zobrazenie vzorky — plocha v velkostou aspori 250 pm x 250 pm

ANO /= 250 pm x 250 um

suéastou systéemu musi byt riadiaca jednotka s operaénym systémom a tloZiskom dat s kapacitou
aspofi 7,2 TB RAID (zrkadlené) alebo ekvivalentné technické rieenie poskytujuce rovnaké alebo lepsie
uZitkové, prevadzkové, funkéné charakteristiky

ANO

0.H1.P58 Termicky analyzator s IR a GCMS

Typ zariadenia alebo vyvojovd rada.

STA 6000/SPECTRUM 3/CLARUS
690/CLARUS SQ8MS/TLS000E STA-
IR A IR-GCMS

Wirobca zariadenia:|PE

. , . . . . - Parametre poniukaného zariadenia.
PoZadované funkcné a technické paramelre zaradenia. (ANO-NIEhodnota parametra):
Systém pozostavajuci zo simultannej termickej analyzy v médoch TG-DTA/DSC v kombinacii s analyzou
rozkladnych produktov pomocou infraéervenej a hmotnostnej spekiroskopie. Zostava je potrebna pre )
studium fyzikalnych viastnosti a termickej stability funkénych polymérov, hybridnych materidlov a ANO
kompozitov. Kombinacia tychto metodik umozni i kvantitativhu a kvalitativhu analyzu organického a
polymérneho obalu naviazaného na povrch nanoéastic.
Zostava musi obsahovat:
1 ks simultanny termicky analyzator TG-DTA/DSC, ANO
1 ks FTIR spektrometer, ANO
1 ks plynovy chromatograf s hmotnostnym spekirometrom, ANO
1 ks vyhrievané prepojenie pristrojov, ANO
2 ks riadiace PC k pristrojom. ANO
1. TG-DTA/DSC termicky analyzator:
pozadovany je pristroj schopny vykonavat simultannu termickd analyzu v médoch TG-DTA/DSC ANO

suéastou musi byt externé chladiace prislusenstvo umozriujlice analyzu pod teplotu okolia; teplotny
rozsah minimalne: od -20 °C do 1 000 °C v intervale rychlosti od 0,1 aZz 100 *C/min

ANO, od -20 °C do 1 000 °C v intervale
rychlosti od 0,1 az 100 *C/min




ovladanie teploty musi byt pomocou kompaktnej piecky zabezpecujucej spolahlivé vysledky; rychle

ANO, ochladenie z 1 000 °C na 100 °C

chladenie piecky — ochladenie z 1 000 °C na 100 °C pod 10 min pod 10 min
sUucastou musi byt autosampler poskytujdci miniméalne 45 pozicii pre umiestnenie vzoriek pre rychlu a ANO
bezobsluznu produktivitu

systém musi mat’ zabudovany mass-flow controller alebo ekvivalent ANO
rovnako musi mat' zabudovany prepinac pouzivanych plynov ANO

rozliSenie vah systému lepSie ako 0,2 ug

ANO, rozliSenie 0,2ug

rozsah vah miniméalne do 1500 mg

ANO, vazivost 1500mg

presnost vah: +0,02 %

ANO, %0,02 %

presnost’ nastavenia teploty: < 0,5 °C ANO, < 0,5 °C
opakovatelnost teploty: < +0,5 °C ANO, < 0,5 °C
kalorimetrick& presnost: £2 % ANO, 0,02 %
vzorkovnice z Al s objemom 180 pL ANO
systém musi byt vybaveny termoc¢lankom: PT-PT/Rh ANO
systém musi mat' moznost' pripojenia hmotnostného spektrometra alebo IC spektrometra pre efektivne ANO
charakterizovanie vzoriek pomocou vyhrievanej transfer line do 350 °C

systém musi byt dodany so zakladnym Startovacim balikom spotrebného materialu umoznujicim pilotna ANO
prevadzku a ndhradnym senzorom

sUucastou dodavky musi byt komplexny programovy balik s moznost'ou spracovania udajov termickej

analyzy, zobrazenia merani v realnom ¢ase, schopnostou ovladat’ viacero pristrojov simultanne,

moznostou zobrazenia viacerych setov rdznych dat v jednom sibore, moznostou ovladania pomocou ANO
vzdialenej plochy, import akychkolvek x-y dat, moznostou rychlej optimalizacie metéd a kalibracie,

vytvaranie prehladnych reportov

2. FTIR spektrometer:

FTIR spektrometer musi byt vybaveny rotacnym interferometrom, ktory poskytuje vlastni odolnost’ proti

sklonu zrkadla a nevyzaduje ziadne dynamické zarovnanie skenovacieho zrkadla; pristroj musi ANO

obsahovat' systém atmosférickej kompenzéacie pre odstranenie vplyvu CO, a H,O

systém musi byt uzavrety a utesneny KBr optickou jednotkou pokryvajacou spektralny rozsah 8 300 -
350 cm™

ANO, 8 300 — 350 cm-1

presnost vinovych dizok: +0,1cm™ pri 1 600 cm™

ANO, presnost vinovych dizok: £0,1cm-
1 ori1 600 cm-1

pomer signal Sum: 10 000:1

ANO

systém musi obsahovat zakladni procesorovu dosku izolovanu vogi vibraciam

ANO




systém musi obsahovat' kinematicky namontovanu optiku s nulovym zarovnanim ANO

zdroj Ziarenia musi byt uZivatelom vymenitelny ANO

MIR zdroj musi byt preddefinovane zarovnany a musi obsahovat elektronicku stabilizaciu ANO

sUcCastou pristroja musi byt set zakladnych filtrov pre vykonanie overenia vykonnosti pristroja ANO

systém musi umoznovat automaticky zber dat hned po umiestneni vzorky ANO

systém musi byt vybaveny displejom zobrazujicim aktualny status pristroja ANO

sUucastou musi byt programové vybavenie, ktoré umozZfiuje nastavenie parametrov pristroja a ovladanie

jeho funkcii, automatické rozpoznanie pripojeného vzorkovacieho prislusenstva, zber a vyhodnotenie ANO

nameranych dat, matematické a aritmetické operécie s nameranymi datami, porovnavanie spektier,

Lambert-Beerov zakon, vytvaranie reportov a iné

3. Plynovy chromatograf s hmotnostnym spektrometrom s mozZnostou priamej analyzy nezavisle od TG-DSC/DTA

plne automatizovany plynovy chromatograf s moZnostou nastavenia a monitorovania funkcii pomocou ANO

dotykového displeja

teplotny rozsah: od 10 °C nad teplotou okolia do 450 °C ANO

systém musi mat’ moznost’ programovo nastavit’ teplotu piecky ANO

systém musi mat’ moznost' elektronického ovladania prietokov s moznostou balistického chladenie 450 "

N X ) . ) . : ANO
C na 50 °C za menej ako 2 min alebo ekvivalentnej funkcie

systém musi mat’ mikroprocesorom kontrolované teplotné a ¢asové funkcie ANO

systém musi mat teplotné programovanie piecky: od 0,0 °C/min az +160,0 °C/min s krokom 0,1 °C ANO

systém musi mat’ moznost' volby nastavenia prietoku v ml/min, psig, alebo v kPa alebo v cm/s ANO

systém musi mat’ moznost’ automatickej kontroly netesnosti ANO

systéem musi mat’ predpripravu pre pripojenie MS detektora ANO

systém musi mat’ predpripravu pre pripojenie dalSieho injektora a detektora ANO

sUucastou dodavky musi byt zakladny balik spotrebného materiélu ANO

MS spektrometer pracujici na principe elektronovoimpaktnej ionizacie ANO

systém musi byt vybaveny vzduchom chladenou vakuovou turbomolekularnou pumpou s kapacitou 225 ANO

L/s

systém musi byt vybaveny zdrojom ionizacie s jednoduchym pristupom a tdrzbou ANO

poZadovana citlivost’ detektora — pomer signal Sum: 800:1 (pre Standard 1 pg oktafluoronaftalénu v
celom spektralnom rozsahu)

ANU, BUU-L (Pre stanuara L pg
oktafluoronaftalénu v celom

cnoletrilnam rnzecahin

poZadovany spektralny rozsah: 1 — 1 200 u s rozliSenim 0,5 m/z

ANO, 1 — 1 200 u s rozlienim 0,5 m/z




pozadované su metody zberu dat SIM, tSIM vratane celkového skenu a moznosti monitorovania vyberu
ionov

ANO

poZadovana variabilna rychlost zberu dat: do 12 500 amu/s

ANO, 12500amu/s

systém musi byt vybaveny ovladacim softwarom umozfiujici zber a analyzu dat, ich spracovanie do

O o ANO
reportov a vyhladavanie v kniZniciach
systém musi umoZriovat’ dodatoénu moZnost doindtalovania kniznic NIST, Willey ANO
4. Prepojenie systémov TG-DTA/DCS - IR - GCMS:
systém musi obsahovat interface umozniujlci prenos plynnych latok uvolnenych poéas termickej analyzy ;
) . . ] ANO
do FTIR a ich nasledny transfer do plynového chromatografu
systém musi obsahovat jednotku pre automatické zagatie zberu IC dat ANO
pozadované je zabezpecenie konstantného prietoku plynu cez vietky prepojené systému, tak aby bolo ANO
moZné ziskat éasovo rozlisené piky
suéastou riadiace] jednotky musi byt mass flow controller alebo ekvivalent, filtre éastic a nezavislé ANO
teplotné riadenie transfer line a plynovej cely; adaptér pre pripojenie GCMS alebo MS
systém musi byt vybaveny vakuovou pumpou; teplotny rozsah: 50 — 350 °C ANO
poZadovana je plynova cela ANO
o rozsah prietokov plynovej cely: 10 — 200 ml/min ANO, prietok 10-200ml/min
o dizka optickej drahy luéa v plynovej cele do 100 mm ANO
stéastou dodavky musia byt dve riadiace jednotky s programovym vybavenim pre kontrolu systému, ANO
zber a archivaciu dat
stuéastou dodavky je poZadovany Startovaci balik spotrebného materialu definovaného vyrobcom pre
cely systém nevyhnutny pre indtalaciu zariadenia a uvedenia do beZnej laboratornej prevadzky a to
minimalne $tandardna testovacie koléna pre GCMS systém pre separaciu zakladnych uhlovodikov o ANO

minimalnej dizke 10m, priemere min. 0,25-0,53mm a hribke stacionarnej fazy min. 0,1 pm, a $tandard
polystyrénovej folie pre FTIR systém

0.H1.P59 Systém pre analyzu ICP

Typ zariadenia alebo vyvojovd rada:

ICAP PRO XP DUO/SPEEDWAVE
XPERT

Vyrobca zariadenia:

THERMO SCIENTIFIC/BERGHOF
INSTRUMENTS




PoZadované funkcné a fechnické paramelre zaraden/a.

Parametre ponikaného zariadenia.
(ANO-NIE/hodnota parametra):

Systém na analyzy pomocou indukéne viazanej plazmy a optického emisného spektrometra chemického
zloZenia vzoriek materialov, najma zliatin kovov, intermetalickych zlti€enin, keramik a pod. obsahujicich
stéasne viaceré prvky s protébnovym €islom od 3 (litium) minimalne po 83 (bizmut).

ANO, iCAP PRO XP Duo

schopnost analyzovat koncentraciu prvkov s protonovym &islom od 3 (litium) minimalne po 83 (bizmut) ANO
detekény limit pre analyzované prvky: minimalne 1 mikrogram/liter $tandardu prvku v zriedenom vodnom ANO
roztoku

schopnost merat sutasne v jednej vzorke vysoke a nizke koncentracie viacerych prvkov ANO
spotreba nosného plynu pre vznik plazmy (argén) poéas merania maximalne 15 I/min ANO
L:Ip|l:|é elektronicka kontrola vietkych prevadzkovych plynov, tzv. MassFlowGasControl (MFC) alebo ANO
ekvivalentna

musi byt vybaveny externou chladiacou jednotkou ANO
temperovanie optiky s presnostou temperacie £0,1 °C (a lepSou) ANO

poZiadavka na dynamicky rozsah merania — minimaine 8 radov

ANO / 9 radov

RF generator

pristroj musi byt vybaveny 27,12 MHz RF generatorom s nastavenim vykonu min. od 0,75 do 1,35 kW
s krokom nastavenia po maximalne 30 W

ANO /0,75 - 1,6 kW s krokom
nastavenia 1 W

uéinnost prenosu vykonu do plazmy minimalne 75 % (pre merania tazkych matric, ako napr. zasolené

A 0
roztoky do viac ako 20 % zasolenia, 100 % metanol a pod.) ARDEE
Plazma

dualne snimanie plazmy — axialny aj radialny ANO

softvérové zapinanie plazmy ANO

plazmovy horak musi byt uZivatelsky vymenitelny ANO
Kontrola plynov

musi byt plne riadena pomocou PC ANO

nebulizer (rozpradovaci) plyn musi byt nastavitelny od 0 do 1,5 L/min s krokom 0,01 L/min ANO

auxiliary (pomocny) plyn nastavitefny v krokoch od 0 do 1,5 L/min G el ‘i;"f,ni;';:"n d
Opticky systém

Eschellecross — disperzny systém s optickym usporiadanim hranolu a mriezky tzv. ,side by side” alebo ANO

ekvivalent




opticka dizka: maximalne 400 mm

ANO / 265 mm

spektralna Sirka: 7 pm pri 200 nm, 3,5 pm /pixel

ANO / <7 pm pri 200 nm

kontinualne meranie v rozsahu vinovych dizok pozadovany rozsah miniméine 167 — 845 nm

ANO / 167- 852 nm

temperovanie optiky s presnostou temperacie £0,1 °C (a lepSou)

ANO

opticky systém musi byt preplachovany argénom alebo dusikom

ANO

Detektor

polovodi¢ovy CID detektor (Chargelnjection Device) chladeny peltierovym ¢lankom na -40 °C a niZSiu
teplotu umoznujuci nedestruktivne Citanie signalu alebo ekvivalent

ANO / CID821 chladeny peltierovym
¢lankom na -45 °C

bez tzv. ,blooming efektu” (prelievanie naboja z pixelu na pixel) ANO

simultdnne snimanie celého spektra ANO
Zhmlovaci systém

zakladna vybava — sklenené cyklonicka zhmlovacia komora, skleneny koncentricky nebulizér-zhmlovac ANO

a plazmova (demontovatelna) hlavica s 2 mm injektorom

3—kanalova peristalticka pumpa — softvérovo riadend, ktor4d umoZziiuje softvérovo riadené on-line
davkovanie interného Standardu

ANO / 4-kanélova peristalticka pumpa

moznost' volby Specialnych kitov s vysokou chemickou odolnostou pre zavadzanie jednotlivych typov

vzorky — vodné roztoky, zasolené roztoky, vzorky v HF, organické vzorky a velmi prchavé organické ANO
vzorky, vymena jednotlivych kitov musi byt jednoduchd, vykonatelna uzivatelom
Programové vybavenie pre riadenie systému

musi umoZnovat jednoduché ovladanie pristroja, zapnutie plazmy, nastavenie délezitych parametrov a ANO
ich sledovanie v redlnom Case

musi umoznovat nastavenie pristupovych prav réznej Grovne, pre spravcu, uzivatela, auditora a pod. ANO

musi umoznovat r6zne kalibracie, pracu s celymi spektrami, post vyhodnotenie jednotlivych vysekov
detektora (sub-array) i post vyhodnotenie celého spektra, vratane zmeny kalibracného algoritmu, ANO
maskovania replik aj celych vysledkov

musi obsahovat' kniZnicu ¢iar min. 55 000 &iar, upozoriujuci uzivatela na mozné interferencie pre ANO
jednotlivé Ciar

musi umoznovat jednoduchy export dat k dalSiemu spracovaniu v obvyklych tabulkovych procesoroch ANO
i po sieti do iného PC

musi umoznovat automatickd optimalizaciu signalu podla zvoleného kritéria, polynomickd aj manualnu
korekciu pozadia, retrospektivnu editaciu korekcie pozadia a bezkalibraCnu spektralnu dekonvoluciu a jej ANO

metodické ulozenie a opatovné vyvolanie




musi umoznovat jednoduchu a intuitivnu tvorbu metéd

ANO

Ekonomika prevadzky

spotreba chladiaceho plynu mensia ako 15 I/min

ANO 7 Standardna Spotreba
chl aceho nlvniie 121 /m

spotreba plynu na preplach optiky — mensia ako 2,5 I/min

adi in
ANU 7 Standardra Spotrepa Je Z,U

| /min
nebulizer (rozpraSovaci) plyn musi byt nastavitelny od 0 do 1,5 L/min s krokom 0,01 I/min ANO
auxiliary (pomocny) plyn nastavitelny v krokoch od 0 do 1,5 I/min ANOTod Urdo Z,Sr#rr]nln s krokom 0,1
rychlost analyzy — doba analyzy jednej vzorky pri viacprvkovej analyze, pri 3 opakovaniach v zavislosti ANO

od nastavenia pristroja v rozpati 35 az 90 sekund

Autosampler

k zariadeniu musi byt pripojitelny automaticky davkovacg vzoriek a Standardov o kapacite minimalne

ANO / kapacita davkovaca je 240

220 pozicii pre vzorky (objemu minimalne 12 ml) a minimalne 8 pozicii pre Standardy pozicii
autosampler musi byt ovladany softvérom a musi umoZiovat nezavislé nastavenie parametrov ANO
davkovania pre kazdu vzorku, ako su davkovaci ¢as a rychlost pumpy
autosampler musi umoznovat automatické premyvanie nasavacej sondy a zmenu rychlosti ANO

peristaltickej pumpy v priebehu premyvania

Mikrovinny rozklad vzoriek

Zdroj

vykon minimalne 2 000 W

ANO, vykon 2000W

kmitoet minimalne 2 450 MHz

ANO, kmito&et 2450 MHz

ovladanie vykonu: volitelné nepretrZite po€as rozkladu v rozsahu 0—-100 % ANO
Konstrukcia
min. objem 26 | ANO, 26l
_kruhové mikrovinna rdra na rovnomerné rozloZenie mikrovin a rovhomerné zahrievanie vietkych ANO
vzoriek
povrch minimalne90 pm PFA (vypalovany pri najmenej 350°C) ANO
kontroln&/ovladdacia jednotka s miniméalne 7 palcovym farebny dotykovy displej ANO

Meranie tlaku

senzor na individualne meranie tlaku aspon v jednej rozkladnej nadobe, rozsah merania
0 - 150 bar, presnost lepSia ako 5 bar

ANO, rozsah merania 0-150 bar,
presnost 5 bar

Meranie teploty




teplomer na individualne meranie teploty aspon v jednej rozkladnej nadobe, rozsah merania 50 -
300 °C, presnost 1 °C pri 200 °C

ANO, rozsah merania
50 - 300 °C, presnost 1 °C pri 200 °C

OTC na meranie teploty povrchu nadoby aspori v jednej rozkladnej nadobe ANO
Material patrén/nadob

TFMTM , PTFE, kremen, PFA ANO

objem nadob v rozsahu 40-100 mi ANO

moznost pouZitia az 24 nadob ANO

Komunika&né rozhranie

rozhranie RS-232, Ethernet, USB, musi umozriovat ovladanie cez mobilné zariadenia (sledovanie ANO
procesu na dialku)
St6l pre umiestnenie zariadenia a prisluSenstva (podla velkosti zariadenia) ANO
Suéastou dodavky je poZadovany Startovaci balik spotrebného materidlu definovaného vyrobcom pre )
cely systém nevyhnutny pre inStalaciu zariadenia a uvedenia do beznej laboratérnej prevadzky, vratane ANO
zasobnych roztokov kalibraénych standardov prvkov na koncentraénej urovni 20ppm.
0.H1.P61 Plosny RTG detektor _

Typ zariadenia alebo vyvojovd rada:|FP DETECTOR
Wrobca zariadenia;|BRUKER AXS
. . e — ’ - Pararmeilre pondkaného zariadenia:

FPoZadované runkcné a techinické parametre zanader/a. (ANO-NIE/hodnota para ):
plosny detektor RTG detektor pine funkéne a technicky kompatibilny z hladiska ovladania a vystupného ANO
signalu so softvérom riadiacim existujuci difraktometer znacky Bruker, typ D8 Advance
musi umo2fiovat zber dat v takom formate, ktory je kompatibilny s vyhodnocovacim softvérom vyrobcu ANO
difraktometra (Bruker, typ D8 Advance), pripadne s jeho inovovanou verziou
SW musi umoziiovat vyhodnocovanie typu Search-matc s priamym vkladanim prvkov spolu s najnoviou ANO

databazou znamych krystalografickych Struktur

simultanna plosna detekcia RTG zZiarenia s rozlisenim viac ako 2 000 x 2 000 pixelov

AN, PIOSTIE UETERCHA 11 © Zlarend 5 |

plocha detektora viac ako 15 000 mm?

A PR e R RS 18 oo

priemer okna pre dopadaijtice Ziarenie minimalne 140 mm, pracovna vzdialenost detektora od vzorky
minimalne 5 cm

Ziarenie 140 mm, pracovna vzdialenost
atal | I nimAlng 5

sledovanie detegovanych zaznamov v realnom &ase

ANO




schopnost spracovat energiu dopadaijticich foténov v intervale aspori 3 aZ 15 keV s celkovou intenzitou
pribliZne do 1 miliéna foténov/sekundu, s intenzitou nie menej ako 250 000 impulzov/sekundu na pixel a
celkovym Sumom (pozadim) pod 5 impulzov/sekundu

ANV, DUTTUPIIUSL Spiavuvdl Cliciyiu
dopadaijucich fotonov v intervale3 az 15

keV s celkovou intenzitou do 1.106
o 1 g 1

prevadzka detektora bez potreby externého dochladzovania a pouzitia kontinualneho prietoku
zhasacieho plynu

ANO

PRAGOLAB s.r.o.
ICO: 31352839
Driefiova 34, 821 02 Bratislava



Priloha 7

NAVRH OCENENIA POLOZIEK - 2. ¢ast’ Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materialov

PRAGOLAB s.r.o.
Drienova 34, 821 02 Bratislava

Obchodné meno uchadzaca:
Sidlo uchadzaca:

UPOZORNENIE: Uchddzac vyp

Ceny je potrebné zaokruhlovat na 2 desatinné miesta.
Ak uchadzag nie je platcom DPH, upozorni na tito skutoénost, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %.

Predmet zakazky: Pristrojové vybavenie pre vyskumné centrum pre vyuzitie pokrogilych materidlov SAV
2. éast’ Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materialov

Nazov polozky

MJ

Mnozstvo

Jednotkova Sadzba
cena bez DPH DPH (%)

Jednotkova
cena s DPH

Celkova cena

bez DPH

Celkova cena
s DPH

0.H1.P37 Vakuovatelny FTIR spektrometer ks 1 426381,00€ | 20% 51165720€ | 42638100€| 511657,20¢€

0.H1.P38 e stavacl ETIR mikioskon pracuicey ks 1 717 400,00€ | 20% 860 880,00€ | 71740000€| 860880,00€
reZzime blizkeho pola

0.H1.P39 Hurnadny miodul pire s SHOM pie ETIR ks 1 18592500€ | 20% 22311000€| 18592500€| 223110,00€
merania v oblasti 2.4 — 4.2 uym

0.H1.P40 UHV hmotnostny spektrometer ks 1 20150,00€ | 20% 24 180,00 € 20 150,00 € 24 180,00 €

0.H1.P41 Spektrofluorimeter s éasovym rozlisenim ks 1 153 000,00 £ 20% 183 600,00 € 153 000,00 € 183 600,00 €
Integrovany analyzaény modul pre merania

0.H1.P42 fluorescencie a morfologie povrchov ks 1 180 900,00 € 20% 217 080,00 € 180 900,00 € 217 080,00 €
pre Ramanov mikroskop

0.H1.P43 DE S e c T RGN0 Spekiosiopin EIE o 1 16050,00€ | 20% 19 260,00 € 16 050,00 € 19 260,00 €
fiber coupler

0.H1.P44 Ultrarychly rastrovaci silovy mikroskop ks 1 630100,00€ | 20% | 75612000€| 63010000€| 756 120,00€
kombinovany s konfokalnym invertovanym

0.H1.P45 F Recinalcatck e % 0 Riai e i ks 1 33010,00€ | 20% 39612,00€ 33 010,00 € 39612,00 €
(stdl) pre spektralnu analyzu
Pristroj na meranie déb Zivota excitovanych o

0.H1.P46 tavoy typu TCSPC ks 1 99500,00€ | 20% 119 400,00 € 99500,00€| 119400,00¢€

0.H1.P50 UV-VIS spekirofotometer ks 1 50850,00€ | 20% 61 020,00 € 50 850,00 € 61 020,00 €

0.H1.P52 Nanokvapkovy spektrofotometer ks 1 10 850,00 € 20% 13 020,00 € 10 850,00 € 13 020,00 €

0.H1.P53 Romgey ioluse Rionavrspeioisier s | I 1 88425800€ | 20% | 106110060€| 88425800€| 106110960€
UPS a klastrovym delom




Odparovaci detektor s rozptylom svetla ku

0.H1.P54 ciasalifione] Sibmatoorati o el ks 34330,00€ | 20% 41196,00€ | 3433000€|  41196,00€
0.H1.P55 E’I:tggf:;t‘l’f:z:gglmj; jht:z‘r’;t;f:;:;ﬁyv ks 30900,00€ | 20% 37080,00€ | 3090000€| 37080,00€
0.H1.P56 Multidetekény mikroplatnickovy &itaé ks 42340,00€ | 20% 50808,00€ | 4234000€| 50808,00€
0.H1.P57 S"';‘t‘:;f;ry EYIBIEISE S8 2obtaeovacin ks 1575000,00€| 20% | 1890000,00€ | 1575000,00€ | 1890000,00€
0.H1.P58 Termicky analyzator s IR a GCMS ks 216 502,00 € | 20% 250 802,40 € | 21650200 € | 259 802,40 €
0.H1.P59 Systém pre analyzu ICP ks 96220,00€ | 20% 115464,00€ | 96220,00€| 115464,00€
0.H1.P61 Plodny RTG detektor ks 89450,00€ | 20% 107 340,00€ | 89450,00€| 107340,00€

Celkova cena za 2. ¢ast’ Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materialov:| 5493 116,00€ | 6591 739,20 €




Priloha ¢. 3

Zoznam subdodavatelov

P. | Obchodné meno Osoba opravnena konat
v . , o H
g a sidlo Tolo) za subdodavatela % podiel Predmet
bdodavatel: (meno a priezvisko, datum na zakazke subdodavok
subdodavatela narodenia, adresa pobytu)
1.
2.
3.

Upozornenie: Ak mad subdoddvatel povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.



Priloha ¢. 4

Zoznam Pristrojového vybavenia, na ktoré bude poskytnuty preddavok

Verejny obstaravatel poskytne UspeSnému uchadzacovi preddavky vo vyske 60 % ponukovej ceny na
tieto vybrané pristroje a zariadenia:

2. ¢ast Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materialov

0.H1.P46 Pristroj na meranie dob Zivota excitovanych stavov typu TCSPC
0.H1.P53 Rontgenovy fotoelektrénovy spektrometer s UPS a klastrovym delom
0.H1.P57 Hmotnostny cytometer so zobrazovacim systémom

0.H1.P61 Plosny RTG detektor



Priloha ¢. 5

Miesto dodania Predmetu plnenia

2. <&ast Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materialov:
Cislo podla
C. |Zmluvy o NFP | N&zov polozky Miesto dodania
projektu
1 |0.H1.P37 Vakuovatelny FTIR spektrometer EL,EKTRO-I-,ECHNICKY USTAV SAV,
Dubravska cesta 9, Bratislava
Rastrovaci FTIR mikroskop FYZIKALNY USTAV SAV, Dlbravska cesta 9,
2 |0.H1.P38 L .. , . .
pracujuci v rezime blizkeho pola Bratislava
lluminacny modul pre s-SNOM pre ‘ . . .
3 |0HLP39  |FTIRmeraniavoblasti2d—42 | ' AKALNY USTAVSAV, Dlbravska cesta 9,
Bratislava
um
4 |0.H1.P40 UHV hmotnostny spektrometer FYZI!(ALNY USTAV SAV, Dubravska cesta 9,
Bratislava
Spektrofluorimeter s ¢asovym FYZIKALNY USTAV SAV, Dubravska cesta 9,
5 |0.H1.P41 ~ .
rozliSenim Bratislava
Integrovany analyza¢ny modul pre
merania fluorescencie FYZIKALNY USTAV SAV, Dlbravska cesta 9,
6 |0.H1.P42 . .
a morfoldgie povrchov pre Bratislava
Ramanov mikroskop
DPSS laser pre Ramanovu FYZIKALNY USTAV SAV, Dlbravska cesta 9,
7 |0.H1.P43 . . .
spektroskopiu + fiber coupler Bratislava
Ultrarychly rastrovaci silovy
mikroskop kombinovany FYZIKALNY USTAV SAV, Dlbravska cesta 9,
8 |0.H1.P44 , . . .
s konfokalnym invertovanym Bratislava
mikroskopom
specialna optickd antivibratnd -ty 4 Ny sTAV SAV, Dubravskd cesta 9,
9 |0.H1.P45 platforma (st6l) pre spektralnu .
. Bratislava
analyzu
10 lo.H1pae Pristroj na meranie déb Zivota USTAV ANORGANICKEJ CHEMIE SAV,
o excitovanych stavov typu TCSPC Dubravska cesta 9, Bratislava
11 |0.H1.P50 UV-VIS spektrofotometer UST.AV POLYMEROV SAV, Ddbravska cesta 9,
Bratislava
12 |0.H1.P52 Nanokvapkovy spektrofotometer UST.AV POLYMEROV SAV, Ddbravska cesta 9,
Bratislava
Rontgenovy fotoelektrénovy . : . .
13 |0.H1.P53 spektrometer s UPS a klastrovym USTAV POLYMEROV SAV, Ddbravskd cesta 3,
Bratislava
delom
Odparovaci detektor s rozptylom | ;)\, b yMEROV SAV, Diibravské cesta 9,
14 |0.H1.P54 svetla ku kvapalinovej .
. Bratislava
chromatografii so softwarom
Detektor diédového pola . : . .
15 |0.H1.P55 s absorbciou v UV-vis oblasti ku USTAV POLYMEROV SAV, Dibravska cesta S,
. . .. Bratislava
kvapalinovej chromatografii




Multidetekény mikroplatnickovy

Priloha ¢. 5

USTAV POLYMEROV SAV, Dubravska cesta 9,

16 |0.H1.P56 vy ;
c¢itac Bratislava
Hmotnostny cytometer so BIOMEDICINSKE CENTRUM SAV,
17 |0.H1.P57 , , . . .
zobrazovacim systémom Dubravska cesta 9, Bratislava
18 |0.H1.P58 Termicky analyzator s IR a GCMS UST.AV POLYMEROV SAV, Dbravska cesta 3,
Bratislava
19 | 0.H1.P59 Systém pre analyzu ICP FYZI!(ALNY USTAV SAV, Dubravskd cesta 9,
Bratislava
50 | 0.H1.P61 Plogny RTG detektor FYZIKALNY USTAV SAV, Dubravska cesta 9,

Bratislava






